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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 5201-4:1998 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 5201 規格群（電子機器用固定抵抗器）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 5201-1 第 1 部：品目別通則 

JIS C 5201-2 第 2 部：品種別通則：スルーホール基板実装用低電力皮膜固定抵抗器 

JIS C 5201-2-1 第 2 部：ブランク個別規格：低電力非巻線固定抵抗器 評価水準 E 
JIS C 5201-4 第 4 部：品種別通則：スルーホール基板実装（THT）用又は筐体取付け用固定高電力抵

抗器 

JIS C 5201-4-1 第 4 部：ブランク個別規格：電力形固定抵抗器 評価水準 E 

JIS C 5201-5 第 5 部：品種別通則：精密級固定抵抗器 

JIS C 5201-5-1 第 5 部：ブランク個別規格：精密級固定抵抗器 評価水準 E 

JIS C 5201-6 第 6 部：品種別通則：個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器 

JIS C 5201-6-1 第 6 部：ブランク個別規格：個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器 同一抵抗値及

び同一定格電力 評価水準 E 

JIS C 5201-8 第 8 部：品種別通則：表面実装用固定抵抗器 

JIS C 5201-8-1 第 8-1 部：ブランク個別規格：一般電子機器向け表面実装用低電力皮膜固定抵抗器，

製品性能水準 G 

JIS C 5201-9 第 9 部：品種別通則：個別測定可能な表面実装用固定ネットワーク抵抗器 

JIS C 5201-9-1 第 9-1 部：ブランク個別規格：個別測定可能な表面実装用固定ネットワーク抵抗器－

評価水準 EZ 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 5201-4：0000 
 (IEC 60115-4：2022) 

電子機器用固定抵抗器－第 4 部：品種別通則： 
スルーホール基板実装（THT）用又は筐体取付け用

固定高電力抵抗器 
 

Fixed resistors for use in electronic equipment  
– Part 4: Sectional specification: Power resistors for through hole assembly  

on circuit boards (THT) or for assembly on chassis 
 
 

序文 

この規格は，2022 年に第 3 版として発行された IEC 60115-4 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある補足事項・参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，電子機器で用いる，通常 1 W を超え 1 000 W までの定格損失をもつ抵抗器について規定す

る。この規格は，最大表面温度（MET）が推奨するカテゴリ上限温度（UCT）200 ℃よりも高い固定高電

力抵抗器に適用する。 

 注記 1 ヒートシンク抵抗器，つまり特殊な温度条件のため，動作時に専用のヒートシンクに取り付け

られることに依存する抵抗器は，特別な品種別通則の対象となる。 

これらの抵抗器は，通常，タイプ（様々な幾何学的形状）及びスタイル（様々な寸法）並びに製品技術

に従って説明される。 

これらの抵抗器の抵抗要素は，通常，次による。 

－ コンフォーマルラッカーコーティングで保護されている 

－ セメントコーティング 

－ ガラス質エナメル質 

－ セラミック本体 

－ 関連規格に記載するその他のハウジング 

これらの抵抗器の電気接続は，通常，次の手段によって実現される。 
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－ スルーホールアセンブリ（THT）用のアキシャルリード 

－ 垂直又はラジアルなリード， 

－ パンチ端子 

－ シャーシマウント用のフェルール又はラグ 

－ プッシュオン端子 

－ ねじ端子 

－ 関係規格に記載するその他の端子 

特殊な場合には，ヒートシンクを適用可能であるが，必須ではない。 

この規格は，推奨する定格及び特性を定義し，JIS C5201-1 から適切な品質評価手順，試験，測定方法を

選択し，このタイプの抵抗器の一般的な性能要件を示すことが目的である。 

注記 2  SMD 抵抗器は，損失に関係なく，JIS C 5201-8 の対象となる。 

注記 3  この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60115-4:2022，Fixed resistors for use in electronic equipment –Part 4: Sectional specification: Power 

resistors for through hole assembly on circuit boards (THT) or for assembly on chassis（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”ことを示

す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS C 0806-1 自動実装部品の包装－第 1 部：アキシャルリード線端子部品の連続テープによる包装 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60286-1，Packaging of components for automatic handling 

– Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes 

JIS C 0806-2 自動実装部品の包装－第 2 部：ラジアルリード線端子部品の連続テープによる包装 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60286-2，Packaging of components for automatic handling 

– Part 2: Tape packaging of components with unidirectional leads on continuous tapes 

JIS C 5201-1:2021 電子機器用固定抵抗器－第 1 部：品目別通則 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60115-1:2020，Fixed resistors for use in electronic equipment 

– Part 1: Generic specification 

JIS C 5201-2:2024 電子機器用固定抵抗器－第 2 部：品種別通則：スルーホール基板実装用低電力皮

膜固定抵抗器 
注記 1 対応国際規格における引用規格：IEC 60115-2，Fixed resistors for use in electronic equipment – 

Part 2: Sectional specification: Low power film resistors with leads for through-hole assembly on circuit 
boards (THT) 

注記 2 令和 5 年度 JIS 素案作成委員会にて同時に審議される規格である。（最終的に削除） 

JIS C 60062:2019 抵抗器及びコンデンサの表示記号 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60062:2016，Marking codes for resistors and capacitors 

JIS C 60063:2018 抵抗器及びコンデンサの標準数列 
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注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60063:2015，Preferred number series for resistors and 
capacitors 

JIS C 60068-1:2016 環境試験方法－電気・電子－第 1 部：通則及び指針 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-1:2013，Environmental testing－Part 1: General and 

guidance 

JIS C 60068-2-1 環境試験方法－電気・電子－第 2-1 部：低温（耐寒性）試験方法（試験記号：A） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-1，Environmental testing – Part 2-1: Tests – Test 

A: Cold  

JIS C 60068-2-2 環境試験方法－電気・電子－第 2-2 部：高温（耐熱性）試験方法（試験記号：B） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-2，Basic environmental testing procedures – Part 

2-2: Tests – Tests B: Dry heat 

JIS C 60068-2-6:環境試験方法－電気・電子－第 2-6 部：正弦波振動試験方法（試験記号：Fc） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-6:2007，Environmental testing – Part 2-6: Tests – 

Test Fc: Vibration (sinusoidal) 

JIS C 60068-2-20:2022 環境試験方法－電気・電子－第 2-20 部：試験－試験 Ta 及び Tb－端子付部品

のはんだ付け性及びはんだ耐熱性試験方法 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-20:2021，Environmental testing – Part 2-20: Tests 

– Test Ta and Tb: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法－電気・電子－第 2-27 部：衝撃試験方法（試験記号：Ea） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-27，Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test 

Ea and guidance: Shock 

JIS C 60068-2-47 環境試験方法－電気・電子－第 2-47 部：動的試験での供試品の取付方法 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-47，Environmental testing – Part 2-47: Tests – 

Mounting of specimens for vibration, impact and similar dynamic tests 

JIS C 60068-2-82:2009 環境試験方法－電気・電子－第 2-82 部：試験－試験 XW1:電気・電子部品の

ウイスカ試験方法 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-82:2007，Environmental testing－Part 2-82:  

Tests－Test XW1:Whisker test methods for electronic and electric components 

IEC 60294:2012，Measurement of the dimensions of a cylindrical component with axial terminations 

IEC 60301，Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors  

IEC 61193-2:2007，Quality assessment systems – Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of 
electronic components and packages 

3 用語，定義，製品タイプ，製品技術及び製品分類 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS C 5201-1:2021 の 3.1 によるほか，次による。 

3.1.1 
絶縁形抵抗器（insulated resistor） 

絶縁電圧及び絶縁抵抗の規定があり，この規格の適切な試験によってこれらの特性を評価する，関連規

格で絶縁していると宣言した抵抗器 
（出典：JIS C 5201-1:2021，3.1.7） 
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3.2 製品種類 

3.2.1 一般事項 

製品の種類ごとに，対象となる推奨する技術及び形式を規定する詳細な規定が必要である。 

3.2.2 アキシャル形状 

“アキシャル形状”は，曲げることで，プリント回路板への実装用及びスルーホール実装（THT）実装

用リードをもつ，部品の物理的な設計を表す。リード線端子は，部品本体の縦軸に沿って両側に伸びてい

る。一般的なアキシャルリード線端子付き高電力抵抗器を図 1 に示す。 

 

 

 

 

 

a) アキシャルリード線

端子付き高電力フィルム

抵抗器  

b) アキシャルリード線

端子付き巻線抵抗器  
c) アキシャルリード線

端子付きセラミックケー

ス収納巻線抵抗器  

d) アキシャル線端子付

き低抵抗抵抗器  

図 1－代表的なアキシャルリード線端子付き高電力抵抗器の例 

アキシャルリード線端子付き抵抗器は，リード線が十分に長い場合に，リード線をラジアル実装用にリ

ードを形成するのに適している可能性がある。附属書 F による。 

3.2.3 ラジアル形状  

“ラジアル形状”は，プリント回路板実装用に，部品本体の片側から部品本体の対角軸に沿って伸びる

リード線をもつ，部品の物理的な設計を表す。通常，高電力抵抗器のリード線端子は，製品本体の内部か

ら形成する。一方又は両方のリード線を形成したアキシャルリード線端子抵抗器の曲げたタイプを用いる

ことも可能である。一般的なラジアルリード線端子付き高電力抵抗器を図 2 に示す。 

   

a) ラジアル形状形アキシャルリード

線端子付き抵抗器  
b) セラミックケース収納のラジア

ルリード線端子付き抵抗器，フィ

ルム抵抗器又は巻線抵抗器  

c) ラジアルリード線端子付き抵抗

器，代表的な巻線抵抗器  

図 2－代表的なラジアルリード線端子付き高電力抵抗体の例 

ラジアル形状の抵抗器は，通常，プリント回路基板上での直接組立に適しており，JIS C 0806-2 に適合

したテープなどの適切な包装で提供する場合には，自動組立に適している。プリント回路基板上のラジア

ル形状の高電力抵抗器の機械的安定性は，きょう（筐）体の特定の特徴又は適用する実装部品に基づいて

いる場合がある。 
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3.2.4 垂直形状  

“垂直形状”は，プリント回路板実装用に，部品本体の一面から部品本体の縦方向軸に沿って伸びる打

抜き端子をもつ，部品の物理的な設計を表す。端子は，通常，部品本体の内部から形成する。打抜き端子

をもつ代表的な垂直端子高電力抵抗器を図 3 に示す。 

  

a) 垂直端子高電力抵抗器，代表的な巻線抵抗器  b) 垂直端子高電力抵抗器の代表的な 

打抜き端子  

図 3－打抜き端子をもつ代表的な垂直端子高電力抵抗器の例 

垂直形状の抵抗器は，通常，プリント回路板上に直接組み立てるのに適している。プリント回路板上の

ラジアル形状の抵抗器の機械的安定性は，打抜き端子の特定の特徴に基づいている。 

3.2.5 円筒形状  

“円筒形状”は，管状セラミック本体の外側に抵抗素子をもつ製品の物理的な設計を表す。はんだ付け

用のラグ端子，プッシュオン端子，ねじ端子など，様々な異なる端子形状が用いられる。代表的な円筒形

の高電力抵抗器を図 4 に示す。 

 

 

a) 円筒形高電力巻線抵抗器  b) 円筒形高電力抵抗器－低抵抗  

図 4－代表的な円筒形高電力抵抗器の例 

円筒形抵抗器は，通常，専用の取付けアクセサリーを用いてシャーシ又は架台に取り付ける。プリント

回路基板上での直接組立には適していない。 

3.2.6 金属ケース収納の巻線抵抗器 

例えば，巻線抵抗器は，抵抗線を，例えば，平らな素子用の雲母，に巻き，高温対応用の金属箱（例え

ば，アルミニウム製）に収納する。ワイヤーリード又は絶縁銅より線など，様々な異なる端子を用いるこ

とが可能である。代表的な金属ケース収納抵抗器を図 5 に示す。 
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図 5－代表的な金属ケース収納高電力抵抗器の例 

 

これらの抵抗器は，ヒートシンクなしで用いる。 

3.2.7 その他のタイプ 

この品種別通則の範囲内にある，その他のタイプの高電力抵抗器は，それぞれの関連規格で補ってもよ

い。 

3.3 抵抗器の封止及び端子の材料  

3.3.1 コンフォーマルラッカー塗装 

JIS C 5201-1:2021 の 3.3.3 の一般的説明に加え，次の詳細説明を追加する。 

抵抗器のコンフォーマル封止は，機械的，電気的及び気候の影響に対する保護を提供し，200 ℃
以上の高温に長時間耐える。  

その他の名称：“コンフォーマルラッカー”，“コンフォーマル塗装”，“コンフォーマルエポ

キシ塗装”，又は，“コンフォーマルシリコーン塗装”  

有害な影響に対する保護が保証されるためには，考慮される各リスクについて，適切な試験及び要求事

項を備えた機能が必要である。 

関連用語：“エナメル塗装”及び“シリコーンセメント塗装” 

3.3.2 シリコーンセメント塗装 

JIS C 5201-1:2021 の 3.3.4 の一般的説明に加え，次の詳細説明を追加する。 

抵抗器は，耐熱性塗装で封止され機械的，電気的及び気候的な影響から保護する。 

その他の名称：“セメント塗装”及び“高温セメント塗装” 

有害な影響に対する保証された保護は，適切な試験及び要求事項を備えた，考慮された各リスクに対す

る機能が必要である。 

関連用語：“エナメル塗装”及び“コンフォーマル塗装” 

3.3.3 エナメルコーティング 
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JIS C 5201-1:2021 の 3.3.5 の一般的説明に加え，次の詳細説明を追加する。 

機械的，電気的及び気候的な影響に対する保護を提供するために，数層の水性フリットの塗布及びガラ

ス化によって生成される，抵抗器の元の形状にほぼ一致する抵抗器の硝子体封止のことである。 

その他の名称：“硝子体エナメル塗装” 

有害な影響からの保護が保証されるためには，考慮される各リスクについて，適切な試験及び要求事項

に対する機能が必要である。 

関連用語：“コンフォーマル塗装” 

3.3.4 セラミック収納抵抗器 

JIS C 5201-1:2021 の 3.3.7 の一般的説明に加え，次の詳細説明を追加する。 

セラミックケースに無機化合物と共に埋め込んだ，各種技術の抵抗器である。特別な無機ポッティング

化合物及びセラミックケースとによって，耐火包装内で高い熱伝導率を実現する。 

その他の名称：“セラミック抵抗器”，“セメント抵抗器”及び“ポット抵抗器”  

有害な影響に対する保護が保証されるためには，考慮される各リスクについて，適切な試験及び要求事

項を備えた機能が必要である。 

関連用語：“シリコーンセメント塗装” 

その他の名称：“リード抵抗器” 

3.3.5 ワイヤ端子 

ワイヤ端子をもつ抵抗器には，次のいずれかのタイプのワイヤを用いてもよい。 

・ 円形銅リード，そのまま又はすず表面 

・ 銅被覆鉄線，そのまま又はすず表面 

・ 円形ニッケル線，そのまま又はすず表面 

・ 銅フィラメントのストランドによって絶縁される 

・ 任意のポリマー絶縁材料によって絶縁される 

その他の名称：“リード付き抵抗器”及び“フレキシブルリード付き抵抗器” 

3.4 製品技術 

3.4.1 一般  

製品技術の定義は，高電力抵抗器の製造に用いる種々の技術に関する指針を JIS の使用者に提供し，そ

れらの識別を助けることを意図している。 

この規格の目的のために，JIS C 5201-1:2021 の 3.2 に記載の製品技術の一般的な説明に加え，3.4.2～3.4.7
に記載の内容を適用する。 

3.4.2 金属膜技術 
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JIS C 5201-1:2021 の 3.3.2 の一般的説明に加え，次の詳細説明を追加する。 

高電力抵抗器を，200 ℃を超える最高表面温度,例えば 225 ℃の MET で動作させる必要がある場合に，

金属膜技術を用いる。典型的な金属膜電力形抵抗器には，コンフォーマルラッカーコーティング，不燃性

が必要な場合には，セラミックケースに収納又はモールドを用いる。 

抵抗器技術のコーディングが必要な場合には，M の文字を用いて金属膜技術を識別する。 

3.4.3 メタルグレーズ皮膜技術 

JIS C 5201-1:2021 の 3.2.3 の一般的説明に加え，次の詳細説明を追加する。 

高電力抵抗器を，200 ℃を超える最大表面温度，例えば，225 ℃の MET で動作させる必要がある場合

に，メタルグレーズ技術を用いる。典型的なメタルグレーズ電力形抵抗器には，コンフォーマルラッカー

コーティング，不燃性が必要な場合には，セラミックケースに収納又はモールドを用いる。 

抵抗器技術のコーディングが必要な場合には，文字 G を用いてメタルグレーズ皮膜技術を識別す

る。  

3.4.4 酸化金属技術 

JIS C 5201-1:2021 の 3.2.4 の一般的説明に加え，次の詳細説明を追加する。 

高電力抵抗器を，200 ℃を超える最高表面温度,例えば 250 ℃の MET で動作させる必要がある場合に，

金属膜技術を用いる。典型的な酸化金属電力形抵抗器には，コンフォーマルラッカーコーティング，不燃

性が必要な場合には，セラミックケースに収納又はモールドを用いる。 

抵抗器技術のコーディングが必要な場合には，X の文字を用いて酸化金属技術を識別する。 

3.4.5 巻線技術 

JIS C 5201-1:2021 の 3.2.8 の一般的説明に加え，次の詳細説明を追加する。 

高電力損失用に設計された巻線抵抗器は，コンフォーマルラッカーコーティング，ガラス質でエナメル

加工，又はセラミックハウジングに挿入されている。抵抗線は，丸形又は平形が使用可能である。この種

の抵抗器は通常 250 ℃よりも高い MET で動作するため，用いる材料の不燃性が重要である。 

平巻線抵抗器は雲母キャリアに巻かれ，アルミニウムケースに収納される。ケース材料の融点が低いた

め，過負荷の場合には注意が必要である。 

抵抗器技術のコーディングが必要な場合には，W の文字を用いて，線巻き技術を識別する。 

3.4.6 金属板技術 

JIS C 5201-1:2021 の 3.2.10 の一般的説明に加え，次の詳細説明を追加する。 

高電力抵抗器を，200 ℃を超える最大表面温度，例えば，250 ℃の MET で動作させる必要がある場合

に，金属板技術を用いる。典型的な金属板電力形抵抗器には，セラミックケースに収納を用いる。 

抵抗器技術のコーディングが必要な場合には，文字 S を用いて金属板技術を識別する。 

3.4.7 その他の技術 
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高電力抵抗器の中には，3.4.2～3.4.6 以外の技術に基づく抵抗器もある。このような場合には，それぞれ

の個別規格に，適用される技術の長所と限界とを併記する。 

抵抗器技術のコーディングが必要な場合には，個別規格には，新しい抵抗器技術を識別するために用い

る明確なコード文字を定義する。 

3.5 製品水準 

製品水準を導入することによって，使用者は，目的とする最終用途の条件に従って，必要な抵抗器の性

能要件を選択することが可能である。 

この規格の目的として，製品水準は，次による製品水準による説明のほか，JIS C 5201-1:2021，3.4 の定

義による。 

次に示す分類水準は，アプリケーションの典型的な要求に沿って試験スケジュールの範囲及び内容を調

整するために，この規格の対象となる抵抗器に用いることが可能である。 

－ 水準 G 一般的な電子機器用途 

－ 水準 P 高性能な電子機器用途 

－ 水準 R 高性能で信頼性の高い電子機器用途 （最低故障率レベル E5 を要求する）。 

このような試験計画は，評価水準 EZ を適用する必要がある IEC 電子部品品質認証制度（IECQ）

などを通じて，この規格の対象となる抵抗器の品質評価に適している。評価水準 EZ は，許容数を

“0”に設定することで，ゼロデファクトアプローチを補助している。9.2.3 及び JIS C 5201-1:2021，
Q.1.3.3 による。  

4 推奨特性 

4.1 一般事項 

個別規格に規定する値は，4.2～4.9 に規定する値から選択することが望ましい。 

4.2 推奨する形状，形式及び寸法 

4.2.1 アキシャル形状 

4.2.1.1 推奨する形式及び外形寸法 

アキシャルリード線端子付き高電力抵抗器の形状及び寸法は，を図 6 に示す。推奨形式及びそれぞれの

寸法は，表 1 に示す。アキシャルリード線端子付き高電力抵抗器の形状記号は，RA から始めるのが望ま

しい。 
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記号説明 

D：本体径 

L：本体長さ 

d：リード線の径 

l：リード線の長さ 

図 6－円筒形アキシャルリード線端子付き抵抗器の形状及び寸法 

 

表 1－円筒形アキシャルリード線端子付き高電力抵抗器の推奨形状の例 

 寸法 f) 

形式記号 a) 直径   
Dmaxc) 

製品長さ   
Lmax

b) 
リード径  

dmax
d) 

リード長さ   
lmin

e) 

 mm mm mm mm 

RA_0411 4.5 13.0 0.8 21 

RA_0617 7.0 17.5 0.8 21 

RA_0719 7.5 23.0 1.0 21 

RA_0922 10.0 25.5 1.0 21 

RA_0933 11.0 39.0 1.0 21 

RA_0947 11.0 54.0 1.0 21 

この表は，アキシャルリード線端子付き高電力抵抗器の一般的な形式の例を実在する代表的な寸法と共に示

している。 
個別規格には，対象となる形式の範囲に対する正確な寸法及びそれぞれの公差を規定する。 
注 a) 形式記号は，抵抗（R），アキシャル（A）を表す文字 RA で始まる。 . 

形式記号は，3.4 に規定する製品技術の文字記号を 3 文字目の文字とする。 
文字 M は，金属皮膜。文字 G は，メタルグレーズ皮膜。文字 X は，酸化金属。文字 W は，巻線。文

字 S は，金属板とする。 
数字部分は，抵抗器本体の寸法を表し，直径 D を 2 桁，長さ L を 2 桁で，ミリメートル単位で表す。 
形式記号の表示例は，アキシャルリード線端子付き巻線電力抵抗器の RAW 0411 となる。 

注 b) 抵抗器の本体長 L は，5.3.11 によって測定する。 
注 c) 抵抗器の本体直径 D は，5.3.11 によって測定する。 
注 d) リード線の公称直径 d は，IEC 60301 に適合した許容公差とする。 
注 e) 最小リード長 lmin は，JIS C 0806-1 によってテープ包装における自由リード長さ（テープで固定しない

リードの長さ）だけに適用される。 
注 f) ヤード・ポンド法の単位を起源とする製品は，インチの寸法を角括弧で囲んで情報として追加で示す

ことが可能である。 

表 1 は，構成要素の幅及び長さに基づく形式指定の調和システムの推奨事項を示している。電力消費に

基づく他の指定は一般的に適用され，RA_冒頭につける必要がある。 

個別規格には，規定する抵抗器の現実的な外形図を示し，関連する全ての寸法を含める。 

個別規格は，例えば，特定の技術的要求事項又は従来の製品に存在する形状から逸脱しているため，表

1 に示す推奨する形式又は，推奨する寸法から逸脱する可能性がある。 
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表 1 のリード線の直径に関する推奨事項は，すずめっきを用いた標準的な銅線に適用する。個別規格に

は，特定の技術的要求事項又は過去の製品の仕様によって正当化する場合，他の線材又は他の線径の規定

が可能である。リード線の熱伝導率に及ぼす異なる線材又は径の影響に特に注意が必要であり，これは製

品の使用状況における熱管理に影響する。そのため，リード線の変更には，定格電力又は制限温度の適応，

及び影響を受ける製品の依存する安定性データが必要になる可能性がある。 

リード線のはんだ付けが不可能な領域（例えば，本体付近の過剰な塗装）の規定は，4.2.1.2 の規定を適

用する。 

リード線の偏心の規定は，4.2.1.4 の規定を適用する。 

4.2.1.2 保護塗装樹脂のはみ出し又は溶接ビードの長さ 

個別規格には，抵抗器の現実的な図面を示し，保護塗装樹脂のタイプを記載し，図 7 に示す代替方法の

一つを用いて，抵抗器のリード線端子に延びる保護塗装樹脂のはみ出し又は溶接ビードの許容長さを規定

することが可能である。 

  

記号説明 

c：保護塗装樹脂のはみ出しの長さ 
記号説明 

Lc：保護塗装樹脂のはみ出しを含む本体長さ 
a) リード線上に延びた保護塗装樹脂のはみ出しの長さ c b) 保護塗装樹脂のはみ出しを含む本体長さ Lc 

図 7－アキシャルリード線端子付き抵抗器の保護塗膜樹脂又は 
溶接ビードの長さを指定するための代替方法 

保護塗膜樹脂のはみ出しの長さ，図 7 a)に示す寸法 c は，IEC 60294:2012 の箇条 4 に規定しているよう

に，保護塗膜樹脂のはみ出し最大許容長さに対応するゲージ板を用いて測定する。必要に応じて，図 7 b)
に示すように，保護塗装樹脂のはみ出しを含む本体長さ，寸法 Lc を測定又はゲージする方法を個別規格に

規定する。 

4.2.1.3 リード線間隔 

リード線間隔を示す図 8 の寸法 S は，抵抗器本体の軸から 90°曲げたリード線の中心の最短距離であっ

て，形式記号及びそれに対応する製品の実際の寸法に関連する。また，リード線間隔 S は，抵抗器の実装

工程で指定するリード線曲げ加工（フォーミング）を実施したとき，抵抗器本体を横向きにプリント配線

板上に置いて実装可能なプリント配線板の孔のグリッド寸法 G（孔間隔）の最小値として定義する。 
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記号説明 

S：曲げ加工したリード線の中心線の距離  
G：抵抗器の実装可能なプリント配線板のグリッド寸法  

注記 抵抗器のリード線を曲げ加工した図 8 は，リード線曲げ加工済の抵抗器が入手可能であることを示していな

い。 

図 8－アキシャルリード線端子付き抵抗器の曲げ加工したリード線の距離 

ラジアルリード線端子付き抵抗器のように，抵抗器の形状記号が上記以外の場合，個別規格は，抵抗器

について適切に説明する寸法情報を記載する。ラジアル形状にリード線端子を形成した抵抗器に関する規

定は，附属書 F による。 

4.2.1.4 リード線の偏心 

アキシャルリード線端子付き抵抗器は，規定がない場合，抵抗器本体の両面の中心からリード線を引き

出す設計である。リード線の位置が大きくずれている場合，自動実装工程に支障をきたす可能性があり，

また，実装後の回路内の設計距離を侵害して，安全上の要求に悪影響を及ぼす可能性がある。 

個別規格には，任意事項として，図 9 に示すように，実偏心量 e 又は実効偏心量 e’を，抵抗器のリー

ド線の許容偏心量として規定してもよい。リード線の偏心量は，抵抗器本体に最も近い各リード線の直線

部分で評価する。 

個別規格には，必要に応じて，リード線端子の偏心の適切な測定方法を規定することが可能である。 
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a) 設計上のリード端子位置 b) 実際のリード端子位置の偏り c) 実効的なリード端子一の偏り 

記号説明 

d：リードの公称径，表 1 参照。 

D：製品の公称径，表 1 参照。 

Dmax：製品の最大許容径，表 1 の許容公差を含む。 

℄：中心線 

e：実偏心量，D の中心線と d の中心線との実際の距離 

e’：実効偏心量，Dmax の中心線と d の中心線との実際の距離 

図 9－アキシャルリード線端子付き抵抗器のリード端子偏心の規格 

4.2.2 アキシャルリード線端子付きセラミック収納形 

アキシャルリード線端子付きセラミックケース収納形電力抵抗器の形状及び寸法を図 10 に示し，望ま

しい形式及びそれぞれの寸法を表 2 に示す。これらの形式の形状記号は，2 文字 CA_で始まり，3.4 に示す

製品技術を示す 3 文字目を追加する。 

 

記号説明 

D：本体径 

L：本体長さ 

d：リード線の径 

l：リード線の長さ 

セラミック本体が上記以外の場合，個別規格には，抵抗器を適切に説明する寸法情報を記載する。 

図 10－アキシャルリード端子付きセラミックケース収納形抵抗器の形状及び寸法 
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表 2－アキシャルリード端子付きセラミックケース収納形抵抗器の推奨形状の例 

 代表的な寸法  f) 

形式記号 a) 本体幅 D c) 本体長 L b) リード径 d d) リード長 lmin e) 

 mm mm mm mm 

CA_0620 6.4×6.4 20 0.8 50 

CA_0625 6.4×6.4 25 0.8 50 

CA_0638 6.4×6.4 38 0.8 50 

CA_0925 9×9 25 0.8 50 

CA_0938 9×9 38 0.8 50 

CA_0950 9×9 50 0.8 50 

CA_0975 9×9 75 0.8 50 

この表は，アキシャルリード端子付きセラミックケース収納形抵抗器の一般的な形式の例を実在する代表的

な寸法と共に示している。個別規格には，対象となる形式の範囲に対する正確な寸法及びそれぞれの公差を規

定する。 
注 a) 形式記号は，Ceramic Resistor，Axial のそれぞれを表す文字 CA で始まる。  

形式記号は，3.4 に規定する製品技術の記号を 3 文字目の文字とする。  
文字 M は，金属皮膜。文字 G は，メタルグレーズ皮膜。文字 X は，酸化金属。文字 W は，巻線。文

字 S は，金属板とする。 
数字部分は，抵抗器本体の寸法を表し，直径 D を 2 桁，長さ L を 2 桁で，ミリメートル単位で表す。

形式記号の表示例は，アキシャルリード端子付きセラミックケース収納形巻線抵抗器 CAW 0620 とな

る。 
注 b) 抵抗器の本体長 L は，5.3.11 によって測定する。 
注 c) 抵抗器の本体幅 D は，5.3.11 によって測定する。 
注 d) リード線の公称直径 d は，IEC 60301 に適合した許容公差とする。 
注 e) 最小リード長 lmin は，JIS C 0806-1 によってテープ包装における自由リード長さ（テープで固定しない

リードの長さ）だけに適用する。 
注 f) ヤード・ポンド法の単位を起源とする製品は，インチの寸法を角括弧で囲んで情報として追加で示す

ことが可能である。 

構成要素の幅及び長さに基づく形式指定の調和システムの推奨事項を表 2 に示している。電力消費に基

づく他の指定は一般的に適用されるが，CA_を冒頭につける必要がある。 

個別規格には，抵抗器の現実的な図面を示し，セラミックの輪郭を詳細に記載する。 

収納部付近のリード線のはんだ付け不可能な領域の規定は，4.2.1.2 の規定を適用する。 

リード線の偏心の規定は，4.2.1.4 の規定を適用する必要がある。 

4.2.3 ラジアルリード線端子付きセラミックケース収納形 

ラジアルリード線端子付きセラミックケース収納形高電力抵抗器の形状及び寸法を図 11 に示し，推奨

する形式及びそれぞれの寸法を表 3 に示す。これらのタイプの形状記号は，2 文字で始まり，3.4 に規定す

る技術を示す 3 番目の文字 CR_を追加する。 
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記号説明 

D：本体径 

L：本体長さ 

d：リード線の径 

l：リード線の長さ 
セラミック本体が上記以外の場合，個別規格には，抵抗器を適切に説明する寸法情報を記載する。アクセサリーを

取り付けるための溝の有無及びコーナーボアの数は任意である。 

図 11－ラジアルリード線端子付きセラミックケース収納形抵抗器の形状及び寸法 
表 3－ラジアルリード線端子付きセラミックケース収納形抵抗器の推奨形状の例 

 寸法 f) 

形式記号  a) 本体幅 D c) 本体長 Lb) リード径 d d) リード長 lmin e) 

 mm mm mm mm 

CR_0620 6.4×6.4 20 0.8 50 

CR_0625 6.4×6.4 25 0.8 50 

CR_0638 6.4×6.4 38 0.8 50 

CR_0925 9×9 25 0.8 50 

CR_0938 9×9 38 0.8 50 

CR_0950 9×9 50 0.8 50 

CR_0975 9×9 75 0.8 50 

この表は，ラジアルリード線端子付きセラミックケース収納形抵抗器の一般的な形式の例を実在する代表的

な寸法と共に示している。個別規格には，対象となる形式の範囲に対する正確な寸法及びそれぞれの公差を規

定する。 
注 a) 形式記号は，Ceramic Resistor，Radial を表す文字 CR で始まる。  

形式記号は，3.4 で規定する製品技術の文字記号を 3 文字目の文字とする。  
文字 M は，金属皮膜。文字 G は，メタルグレーズ皮膜。文字 X は，酸化金属。文字 W は，巻線。文

字 S は，金属板とする。 
数字部分は，抵抗器本体の寸法を表し，直径 D を 2 桁，長さ L を 2 桁で，ミリメートル単位で表す。 
形式記号の表示例は，ラジアルリード線端子付きセラミックケース収納形巻線抵抗器の CRW 0925 と

なる。 
注 b) 抵抗器の本体長 L は，5.3.11 によって測定する。 
注 c) 抵抗器の本体幅 D は，5.3.11 によって測定する。 
注 d) リード線の公称直径 d は，IEC 60301 に適合した許容公差とする。 
注 e) 最小リード長 lmin は，JIS C 0806-2 に従ったテープ包装における自由リード長さ（テープで固定しない

リードの長さ）にだけ適用する。 
注 f) ヤード・ポンド法の単位を起源とする製品については，インチの寸法を角括弧で囲んで情報として追

加で示すことが可能である。 
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表 3 は，構成要素の幅及び長さに基づく形式指定の調和システムの推奨事項を示している。電力消費に

基づく他の指定は一般的に適用されるが，CR_を冒頭につける必要がある。 

個別規格には，抵抗器の現実的な図面を示し，セラミックの輪郭を詳細に規定する。 

リード線の偏心の可能性があるため，両方のリード間の最小クリアランスが個別規格によって規定する

場合がある（それに応じて 4.2.1.4 を適用する）。 

個別規格では，オプションの要素として，リード線とセラミックケース表面との温度が高いこと，及び

リード線の表面のラッカーがこの領域のはんだ付け性に影響を与える可能性があることから，これらの抵

抗器をセラミック本体と PCB に直接接触させて用いるための規定が必要となる可能性がある［それに応じ

て 4.2.1.2 及び 5.2.2 b)を適用する］。 

回路基板にはんだ付けしたラジアルリード線端子付きセラミックケース収納形高電力抵抗器の機械的安

定性のために，幾つかの特殊な組立部品が必要になることがある。 

4.2.4 ラジアルリード又は垂直セラミック収納形及び寸法 

ラジアルリードセラミック高電力抵抗器の形状及び寸法を図 12 に示す。推奨する形式及びそれぞれの

寸法を個別規格に規定する。これらのタイプの形状記号は，二文字で始まり，3.4 で与えられた製品技術を

示す三番目の文字 CR_又は CV_を追加する。 

 
 

a) 垂直巻線高電力抵抗器  
CV_04 

b) ラジアルタイプ高電力抵抗器  
CR_04 

記号説明 

D：本体の幅 

L：本体長さ 

H：本体高さ 

d：打抜き端子の厚み 

l：打抜き端子の長さ 

S：  打抜き端子間の距離 
 
セラミック本体又は打抜き端子が上記以外の場合，個別規格には，抵抗器を適切に説明する寸法情報を記載する。 

図 12－ラジアルリードセラミックケース収納形抵抗器の形状及び寸法 
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表 4－ラジアルリード又は垂直セラミックケース収納形抵抗器の推奨形式 

 寸法  

形式記号  
a) 

本体幅  
D c) 

本体長さ  
L b) 

高さ  
H c) 

リードの間隔  
S c) 

リード径  
d d) 

リード長さ

l 

 mm mm mm mm mm mm 

CV_02 3.5 12 20 5 0.8 3.5 

CV_03 8 12 20 5 0.8 3.5 

CV_05 9 12 25 5 0.8 3.5 

CV_03 9 24 20 12.5 1.5 5 

CV_05 9 28 35 15 1.5 5 

CV_07 9 36 40 20 1.5 5 

この表は，ラジアルリードセラミックケース収納形抵抗器の一般的な形式の例を実在する代表的な寸法と共

に示している。個別規格には，対象となる形式の範囲に対する正確な寸法及びそれぞれの公差を規定する。打

抜き端子は，詳細に記載するために留意する。 
注 a) 形式記号は，Ceramic Resistor，Vertical を表す文字 CV，又は Ceramic Resistor，Radial を表す文字 CR で

始まる。  
形式記号は，3.4 で規定する製品技術の 3 文字目の文字とする。 
文字 M は，金属皮膜。文字 G は，メタルグレーズ皮膜。文字 X は，酸化金属。文字 W は，巻線。文

字 S は，金属板とする。 
数字部分は，抵抗器の消費電力を 2 桁で表す。 
形式記号の表示例は，ラジアルリードセラミックケース収納形巻線抵抗器の垂直タイプの CVW02 と

なる。 
注 b) 抵抗器の本体長 L は，5.3.11 によって測定する。 
注 c) 抵抗器の本体幅 D は，5.3.11 によって測定する。 
注 d) リード線の公称直径 d は，IEC 60301 に適合した許容公差とする。 
注 e) ヤード・ポンド法の単位を起源とする製品には，インチの寸法を角括弧で囲んで情報として追加で示

すことが可能である。 

表 4 は，電力定格に基づく形式指定の調和システムの推奨事項を示す。寸法に基づく他の指定は一般的

に適用され，CV_又は CR_を冒頭つける必要がある。 

個別規格は，抵抗器の現実的な図面を示し，セラミック及び端子を詳細に規定する。 

4.2.5 筒形高電力抵抗器 

筒形高電力抵抗器の形状（図 13 参照）は，推奨する形式及びそれぞれの寸法を個別規格に記載する。こ

れらのタイプの形状記号は，2 文字で始まり，3.4 で与えられた技術を示す 3 文字目の文字 RT_を追加す

る。 
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記号説明 

D：本体の幅 

L：本体長さ 

a：ラグの長さ 

d：ラグ穴径 

l：穴径 
 
セラミック本体又は端子が上記以外の場合，個別規格には，抵抗器を適切に説明する寸法情報を記載する。 

図 13－筒形抵抗器の形状と寸法 
表 5－筒形高電力抵抗器の望ましい形式の例 

寸法 d) 

形式記号 a) 本体幅 D c) 本体長 L b) ラグ穴径 d ラグ長  a 穴径 I 

mm mm mm mm mm 

RTW 08045 7.5 45 2.8 12 2.6 

RWT 10050 9.5 50 2.8 15 3.5 

RWT 12055 12 55 2.8 15 5.5 

この表は，筒形高電力抵抗器の一般的な形式の例を実在する代表的な寸法と共に示している。個別規格に

は，対象となる形式の範囲に対する正確な寸法及びそれぞれの公差を規定する。 
注 a) 形式記号は，Resistor Tubular を表す文字 RT で始まる。  

形式記号は，3.4 で規定する製品技術の 3 文字目の文字とする。 
文字 W は，巻線，又は，文字 G は，メタルグレーズ皮膜とする。 
数字部分は，抵抗器本体の寸法を表し，直径 D を 2 桁，長さ L を 3 桁で，ミリメートル単位で表す。

形式記号の表示例は，筒形巻線高電力抵抗器の RTW08045 となる。 
注 b) 抵抗器の本体長 L は，5.3.11 によって測定する。 
注 c) 抵抗器の本体幅 D は，5.3.11 によって測定する。 
注 d) ヤード・ポンド法の単位を起源とする製品については，インチの寸法を角括弧で囲んで情報として追

加で示すことが可能である。 

表 5 は，構成要素の幅及び長さに基づく形式指定の調和システムの推奨事項も示している。電力消費に

基づく他の指定は一般的に適用され，RTW_を冒頭つける必要がある。 

複数の単一の抵抗器又は抵抗器が可変抵抗器として取り付けられた管形抵抗器にも使用可能である。 

個別規格には，抵抗器の現実的な図面を示し，セラミックの輪郭を詳細に規定する。 

関連する取付けの寸法を規定する必要がある。 
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端子の詳しい形式は，次による。 

－ はんだラグ 

－ ねじ込みラグ 

－ 狭いリード 

－ ねじ込みリード 

－ コネクタ押し 

端子を個別規格に規定する。 

端子形コードを形状記号に追加可能である。 

4.2.6 その他のタイプ 

この規格の範囲内にあるその他のタイプの高電力抵抗器は，それぞれの個別規格で補うことが可能であ

る。この個別規格には，タイプと関連する形式を十分に詳細に規定する必要がある。 

4.3 推奨耐候性カテゴリ 

この規格に規定する高電力抵抗器は，JIS C 60068-1:2016 の附属書 A に規定する一般規則に基づく耐候

性カテゴリに分類する。 

カテゴリ下限温度，カテゴリ上限温度及び高温高湿（定常）の試験期間は，次から選択する。 

カテゴリ下限温度（LCT）：−55 °C，−40 °C，−25 °C 及び－10 °C 

カテゴリ上限温度（UCT）：155 °C，175 °C 及び 200 °C 

高温高湿（定常）の試験期間：21 日間又は 56 日間 

低温試験及び高温試験の厳しさは，カテゴリ下限温度及びカテゴリ上限温度とする。 

注記 MET は，200 °C よりも高いため，実際の試験では UCT は，200 °C に制限される。いずれにして

も，抵抗器の許容動作条件に関して実行された試験の関連性を保証するために，可能な限り高い

温度を用いることが望ましい。 

4.4 公称抵抗値 

公称抵抗値は，JIS C 5201-1:2021 の 4.2.2 による。 

抵抗値シリーズは，JIS C 60063:2018 の表 3 で推奨されている抵抗器の許容値によって選択する必要が

ある。 

現在までのゼロオーム抵抗器は，高電力抵抗器の一部ではない。他の品種別通則の番号付けに合わせる

ために，附属書 D は省略されているが，予定されている。 

4.5 公称抵抗値の許容差 

公称抵抗値の許容差の推奨値は，次による。 

±10 %，±5 %，±2 %，±1 %及び±0.5 % 

注記 高電力抵抗器の市場では，±0.1 %までより厳しい公差が認められている。 
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4.6 定格電力 Pr 

周囲温度 70 °C における抵抗器の定格電力 P70 の推奨値は，ISO 497 の R5 シリーズの値：1 W，1.5 W，

25 W，4 W，6 W，10 W～1 000 W とする。その他の値として 2 W，3 W，5 W，7 W，9 W などの値が過去

に設定されており，現在でも一般的に適用されている。 

個別規格には，定格電力が適用する条件を規定する。 

追加で 70 °C 以外の定格電力を設定することが可能であり，例えば，25 °C の周囲温度の場合は P25 又は

40 °C の周囲温度の場合は，P40 である。 

定格温度を超える任意の周囲温度に対して許容される電力の必要な軽減に関する情報を提供するのに適

した，一般的な高電力抵抗器の負荷軽減曲線を図 14 に示す。 

 

記号説明 

LCT：カテゴリ下限温度 

UCT：カテゴリ上限温度 

MET：素子最高温度 

P：定格電力 

P70：70 ℃における定格電力 

Pcategory：カテゴリ温度における定格電力 

θamb：周囲温度 

図 14－MET>UCT の一般的な負荷軽減曲線 

負荷軽減曲線上の LCT，70 °C，UCT などの全ての終点及び変化点は，試験によって検証する。 

高電力抵抗器の場合，定格温度 70 °C の恒温槽での試験は，熱過負荷のために実用的ではないことが非

常に多い。JIS C 5201-1:2021 の 7.2 の条件を適用する。 

定格温度を超える任意の周囲温度に対する許容損失の必要な負荷軽減に関する情報を提供するの

に適した，一般的な巻線抵抗器の負荷軽減曲線を図 15 に示す（周囲温度 25 °C での試験の例は，

JIS C 5201-1:2021 の 7.2.5 に規定されている）。  
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記号説明 

LCT：カテゴリ下限温度 
UCT：カテゴリ上限温度 
MET：素子最高温度 
P：定格電力 
Ptest：この試験の関連する電力 
Pcategory：カテゴリ温度における定格電力 
θamb：周囲温度 

図 15－高電力抵抗器（巻線抵抗器）の一般的な負荷軽減曲線 

負荷軽減曲線上の LCT，25 °C，UCT などの全ての終点及び変化点は，試験によって検証する。 

個別規格の対象となる他のタイプの高電力抵抗器は，個別規格に適切な負荷軽減曲線を示す。 

4.7 素子最高電圧 Umax 

DC 又は AC の実効値の推奨値。素子最高電圧 Umax は，次に示す。 

 ISO 497 の R5 シリーズの値：10 V，15 V，25 V，40 V，60 V 及び 100 V～1 000 V。 
50 V，200 V，300 V，500 V 及び 750 V が過去に確立されて，一般的に用いられている。 

4.8 絶縁電圧 Uins 

絶縁抵抗器の場合，DC 又は AC ピーク絶縁電圧 Uins の推奨値は，次に示す。 

 ISO 497 の R5 シリーズの値：10 V，15 V，25 V，40 V，60 V 及び 100 V～1 500 V。 
75 V，300 V，500 V，750 V 及び 1 100 V が過去に確立され，一般的に用いられている。 

絶縁電圧 Uins は，連続的に適用可能である。AC 電圧ピーク値よりも低く設定してはならない。したがっ

て，定格は Uins＝1.42×Umax よりも低くしてはならない。 

4.9 絶縁抵抗値 Rins 

絶縁形抵抗器の場合，絶縁抵抗値 Rins は 1 GΩ 以上が望ましい。 

注記 試験後の絶縁抵抗値 Rins の条件は，6.7 による。 



22 
C 5201-4：0000 (IEC 60115-4：2022) 

 著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

5 試験及び厳しさ 

5.1 この規格によって適用する試験の一般規定 

5.2 は，試験用の供試品の準備や特に望ましい様々な取付方法に関連して規定している。この規定の特定

の個別規格で対象となる抵抗器の種類によって要求するこれらの規定からの逸脱に関する事項は，その特

定の個別規格によって明確に規定する。 

5.3 は，品質認証及び品質適合性検査のための試験計画によって適用する全ての試験の詳細事項を規定

している。ここに示される情報は，各試験計画の“試験条件”欄に記載された短い概要情報を明らかに優

先しているため，短い概要情報に対して優先する。 

5.4 は，品質認証及び品質適合性検査のための試験計画に含まれていない追加試験の詳細を規定してい

る。これらの試験は，特別な要求事項を補うことを目的とした個別規格の作成において，試験計画に含ま

れる試験の代替として，又は規定する試験数への追加として用いることを意図している。そのような追加

試験のいかなる規定にも，例えば目視検査又は抵抗値の変化の評価のような適切な検査の規定を添付しな

ければならない。さらに，それぞれの個別規格には，適用する追加試験の適切な要求性能を規定しなけれ

ばならない。これらの任意及び/又は追加試験の試験計画への適切な実施に関する推奨事項は，附属書 E に

よる。 

規定する試験は，特に規定がない限り，JIS C 5201-1:2021 の 5.2.3 に規定する試験のための標準大気条

件下で実施する。少なくとも試験する 1 時間前から，供試品を標準大気条件下で保存する。 

特に規定がない限り，JIS C 5201-1:2021 の 5.3 によって，選定された試験パラメータの許容差を適用す

る。 

5.2 供試品の準備 

5.2.1 乾燥 

JIS C 5201-1:2021 の 5.4 の手順 1 による。 

5.2.2 試験基板への高電力抵抗器の取付け 

JIS C 5201-1:2021 の 5.5.2 の規定が適用される。 

試験基板を用いる場合，回路基板上の組立用に設計された抵抗器は，JIS C 5201-2：2024 の 5.2.2.2 に規

定しているように，試験基板に横方向に取付ける必要がある。抵抗器は，次の制約を考慮して，図 16 に示

すように，90°のリードを曲げて取付け孔内に直接取付ける（JIS C 5201-1:2021 の 5.5.2 による。）。 

リードの直線部分は，曲げ半径の開始前に，本体又は溶接部から少なくとも 5 mm の長さだけ延長

しなければならない。  

a) リード線の曲がりの内側で測定した曲げ半径 r は，次による。 

－ r ≧ 1.0 d の場合 d ＜ 0.8 mm 

－ r ≧ 1.5 d の場合 0.8 mm ≦ d ≦ 1.2 mm 

－ r ≧ 2.0 d の場合 d ＞ 1.2 mm 
 

b) アキシャル抵抗器本体と試験基板表面との隙間 h は，この規格の対象となる抵抗器の場合は，h≧10 
mm とする。 
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試験基板と抵抗体との距離に応じて供試品の表面温度が，試験中に試験基板が過熱しないように隙

間を大きくする必要がある。 

c) 切断したリード線がはんだ内に見えるようにし，試験基板の下の突出長 p は，p≦2.5 mm とする。 

注記 高い素子最高電圧又は高出力用に設定する抵抗器の最小間隔は，特別な規定が要求される場合が

ある。このような規定及び／又は制約は，関連する個別規格の対象となる。 
 

 

記号説明: 
S：抵抗器リード線間隔 
d：リード線の公称径 
r：リード線の曲げ半径，線の内側で測定 
h：回路基板上の抵抗体の隙間 
p：回路基板下のクロップされたリード線の突出長 
G：抵抗器の組立てを目的とした回路基板内の孔内のグリッド 
注記 より強力なはんだ接合を構築するために，振動試験，バンプ試験，又は衝撃試験には，めっきされたビアホー

ルが必要になる場合がある。 

図 16－試験基板への供試品の組立て 

附属書 C のできばえ性能要件は，特に次に示す要求事項を遵守しなければならない。  

－ リード線の直線の長さ及び曲げ加工の半径に関する要求事項は，C.2.1 による。 

－  抵抗器の横方向の取付け位置に関する要求事項は，C.3.2 による。 

－ 突出したリード終端の切断に関する要求事項は，箇条 C.4 による。 

素子最高電圧又は高出力用に設定された抵抗器の最小間隔は，特別な規定が要求される場合がある。こ

のような規定及び／又は制約は，関連する個別規格の対象となる。 

供試品から他の供試品への熱による影響を最小限に抑えるために，試験基板を垂直方向に配置し，供試

品を水平方向及び垂直方向に整列する。 

5.2.3 試験架台への高電力抵抗の取付け 

JIS C 5201-1:2021 の 5.5 及び 7.1.3 又は 7.2.3 のそれぞれの規定を適用する。 

高電力抵抗器の既定の取付方法として，又は個別規格が試験架台への供試品の取付けを要求している場

合，抵抗器はその終端（例えば，リード線）によって架台上の適切な固定装置に接続する。 

全てのアキシャル抵抗器は，架台内の水平位置，又は形状が異なる場合には，標準位置に取付ける必要

がある。任意の供試品から他の供試品への熱による影響を最小限に抑えるために，試験架台は水平に配置

し，供試品を架台内で水平に整列させ，架台は積み重ねてはならない。 
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架台内の寸法は，図 17 による。特に規定がない限り，a)～e)の規定を適用する。 

a) 供試品の取付け間隔は，少なくとも供試品本体の直径の 7 倍以上とする。P≧7×D 

b) 供試品は，各架台のバー（棒）のほぼ中央に取り付ける。l 1 ≒ l 2 

c) リード線端子の長さは，20 mm 以上とする。l 1≧20 mm，l 2≧20 mm。 

d) 抵抗器の軸方向は，供試品の本体長さの 50 %である Δl≦0.5×L を超えてはならない。 

e) 半径方向の変位は，供試品の体径 ΔP≦D を超えてはならない。 

 

記号説明 
B：導電性のバー（棒），例えば真鍮 
F：供試品固定装置 
D：供試品本体の径 
L：供試品本体の長さ 
l 1, l 2：供試品リード長さ 
Δl：軸方向の供試品の変位 
P：隣接する二つの供試品の中心線での間隔 
ΔP：半径方向の供試品の変位 
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図 17－アキシャルリード線端子付き供試品の取付け，上面図 

架台は通常，2 本の平行な導電性条片又はバー（棒）で構成されており，供試品の質量自体を支えるの

に十分な剛性を保持するか，又は，適切な絶縁基板若しくは構造物によって支えらる。条片又はバー（棒）

は，供試品のリード線端子の接続に適した場所に固定装置（クリップ，クランプ，ネジ端子など）を適切

な場所に設置してもよい。供試品のリード固定装置の例については，図 18 による。 

   

a) スルーホールスクリュー 

クランプ付き 
b) V 溝プレスクランプ付き c) ばね付ワイヤー 

クランプ付き 

図 18－供試品のリード線端子固定装置の例 

この取付け方法は，特別な規定が特別な試験器具への製品の取付けを許可又は規定しない限り，高電力

抵抗器の標準の取付方法として用いる。 

5.2.4 その他のタイプの高出力高電力抵抗器の試験基板及び試験架台の仕様 

JIS C 5201-1:2021 の 5.5 及び 7.1.3 又は 7.2.3 のそれぞれの規定は，その製品技術に関係なく適用する。

試験用の高電力抵抗器を取付けるためのその他のタイプは，要求されたタイプに役立つ 5.2 からの全ての

特別な要求を規定して，関連する個別規格に記載する。 

個別規格には，指定された製品に用いる試験基板又は試験架台を記載する。 

5.3 適用する試験の詳細 

5.3.1 抵抗値 

JIS C 5201-1:2021 の 5.6 及び 6.1 による。 

特別な規定がない限り，リード付き抵抗器の測定箇所は，抵抗器本体から lmeas＝（6±1）mm の位置の

リード線上とする。 

端子の配置によって接触点が異なる，例えば打抜き端子を持つ部品の場合，この点を測定個所に用いる。 

5.2.2 によって試験基板に試験用に取付けられた供試品の場合，測定個所ははんだ接合部によって決定す

る。供試品は，試験基板の接点を直接用いて測定することが可能である。 

5.3.2 TCR 

JIS C 5201-1:2021 の 5.6 及び 6.2 による。 

特別な規定がない限り，未装着の供試品の測定個所は，抵抗器本体から lmeas=（6±1）mm のリード線上

にある。5.2.2 によって試験基板に取付けた供試品の場合，測定個所ははんだ接合部とする。 

例えば，端子が打抜かれている製品で，接触点が端子のレイアウトに依存する場合，この点を測定接触
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に用いる。 

温度シーケンスは，20 °C／LCT／20 °C／UCT／20 °C の順で連続して適用する。 

5.3.3 温度上昇 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 6.7 による。 

供試品は，個別規格に規定されているように，5.2.2 によって試験基板に取付けるか，5.2.3 又は 5.2.4 に

よって試験架台に取り付ける。 

供試品は，一つの供試品からの熱が隣接する供試品に可能な限り影響を与えないように配置する。供試

品は，JIS C 5201-1:2021，5.2.3（例えば周囲温度 15 °C～35 °C）に規定されているように，試験のための標

準大気条件で自由空気中に置かなければならない。 

注記 試験架台に取付けられた供試品の場合，通常，試験架台を水平に配置し，供試品を試験架台内で

水平に整列させることによって達成される。試験基板に取付けられた供試品の場合，通常，試験

基板を垂直に配置し，供試品を水平な列に垂直方向に整列させることによって達成される。 

冷却のために供試品への強制空気は許可されない。自然対流による空気の流れだけが発生する必要があ

る。 

5.3.4 定格温度 70 °C での耐久性 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 7.1 による。 

供試品は，個別規格で規定されているように，5.2.2 によって試験基板に取付けるか，又は 5.2.3 若しく

は 5.2.4 によって試験架台に取り付ける。 

供試体は，一つの供試体からの熱が隣接する供試体に可能な限り影響を与えないように配置する。 

注記 試験架台に取付けられた供試品の場合，通常，試験架台を水平に配置し，供試品を試験架台内で

水平に整列させることによって達成される。試験基板に取付けられた供試品の場合，通常，試験

基板を垂直に配置し，供試品を水平な列に垂直方向に整列させることによって達成される。 

試験は，次に示す定格電圧で実行する。JIS C 5201-1:2021 の 7.1.5 による。 

 𝑈test = 𝑈 = ඥ𝑃 × 𝑅, 

によって制限される。  

 Utest≦Umax 
 

ここで， Ur： 定格電圧 
 P70： 定格電力 
 Rn： 公称抵抗値 
 Umax： 素子最高電圧 

 

持続試験時間の許容値は，JIS C 5201-1:2021 の 7.1.6 及び 5.3.4 による。 

耐久性試験を ttest= 8 000 + 48/ －0 h の合計持続時間に延長するのは，水準 P 又は水準 R に分類される抵
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抗器，又は個別規格に記載されている場合にだけ必須である。 

絶縁抵抗器の絶縁抵抗の測定は，5.3.26 による。 

注記 供試品の抵抗値に応じて，AC，DC，又はスイッチ付き DC を用いることが可能。 

5.3.5 室温での耐久性 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 7.2 による。 

供試品は，個別規格に記載されているように 5.2.2 によって試験基板に，又は，5.2.3 若しくは 5.2.4 によ

って試験架台に取り付ける。 

供試品は，一つの供試品からの熱が隣接する供試品に可能な限り影響を与えないように配置する。 

注記 試験架台に取付けられた供試品の場合，通常，試験架台を水平に配置し，供試品を試験架台内で

水平に整列させることによって達成される。試験基板に取付けられた供試品の場合，通常，試験

基板を垂直に配置し，供試品を水平な列に垂直方向に整列させることによって達成される。 

試験は，アップグレードされた電圧で実行する。（JIS C 5201-1:2021，7.2.5 b)による。） 

持続試験時間の許容範囲は，JIS C 5201-1:2021 の 7.2.6 及び 5.3.4 による。 

試験は，次の式によって規定される試験電力 Ptest で実行する。 

 𝑃test = 𝑃 × (்ିଶହ °)(்ି °) 
 

ここで， P70： ϑrated＝70 ℃の定格電力 
 

したがって，次の式に示す電圧で試験を行う。 

 𝑈test = ඥ𝑃test × 𝑅, 

Utest≦Umax 

 
ここで， P70： 70 ℃の定格電力 
 Rn： 公称抵抗値 
 Umax： 素子最高電圧 

耐久性試験を ttest= 8 000 + 48/ －0 h の合計持続時間に延長するのは，水準 P 又は水準 R に分類される抵

抗器，又は個別規格に記載されている場合にだけ必須である。 

絶縁抵抗器の絶縁抵抗の測定は，5.3.26 による。 

注記 供試品の抵抗値に応じて，AC，DC，又はスイッチ付き DC を用いることが可能。 

5.3.6 最高温度での耐久性:カテゴリ電力のある UCT 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 7.3 による。 

供試品は，個別規格に記載されているように 5.2.2 によって試験基板に，5.2.3 又は 5.2.4 によって試験架
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台に取付ける。 

MET は，カテゴリ電力 Pcategory（図 14 の負荷軽減曲線による。）を適用することによって生じる温度上昇

を UCT に加えることによって達成されるため，計算された電圧 Utest で実行する。JIS C 5201-1:2021 の 7.3.5 
b)による）。 

試験の期間は，𝑡test = 1 000   ାଶସ ℎとする。 

持続試験時間の許容範囲は，JIS C 5201-1:2021 の 7.3.6 及び 5.3.4 による。 

絶縁抵抗器の絶縁抵抗の測定は，5.3.26 による。 

5.3.7 短時間過負荷 

5.3.7.1 フィルム高電力抵抗の場合 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 8.1 及び 8.1.4.2 による。 

供試品は，個別規格に記載されているように 5.2.2 によって試験基板に，5.2.3 又は 5.2.4 によって試験架

台に取付ける。供試品は，JIS C 5201-1:2021 の 5.2.3（例えば，周囲温度 15 °C～35 °C）に規定されている

ように，試験のための標準大気条件で自由空気中に置かなければならない。 

推奨する過負荷試験電圧は，次による。 𝑈test = 2.5 × 𝑈 = ඥ6.25  × 𝑃 × 𝑅 

によって制限する。 
Utest max=2×Umax 

 

ここで， Ur： 定格電圧 

 P70： 定格電力 

 Rn： 公称抵抗値 

 Umax： 素子最高電圧 

個別規格は，過負荷持続時間 tload を，可能であれば次の推奨値から規定する。 
2 s，5 s 及び 10 s。過負荷期間は，＋5 %の相対公差を適用する。 

5.3.7.2 巻線抵抗器の場合 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 8.1 及び 8.1.4.3 による。 

供試品は，個別規格に記載されているように，5.2.2 によって試験基板に，5.2.3 又は 5.2.4 によって試験

架台に取付ける。供試品は水平に取付けるものとし，JIS C 5201-1:2021 の 5.2.3 に示されている，試験用の

標準大気条件で自由空気中に置く。 
過負荷試験電圧は，次の式で制限されるよる。 𝑈test = √10 × 𝑈 = ඥ10 × 𝑃 × 𝑅 

Utest max ＝ L × 40 V/mm 

 
ここで， Ur： 定格電圧 

 P70： 定格電力 
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 Rn： 公称抵抗値 

 L： 製品の本体最大長 （mm） 

負荷期間 tload の推奨値は 5 秒又は 10 秒である。負荷期間は関連規格に記載のとおりとする。 

印加電圧は，定格電力の 10 倍また又は抵抗器本体の長さ L ミリメートル長さ当たり 40 V のいずれか小

さい方を消費するのに必要な電圧とする。 

5.3.8 単パルス高電圧過負荷試験 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 8.2 による。 

個別規格の規定に従い，この試験を実施するために，供試品は，取り外すことも 5.2.2 によって試験基板

に取り付けることも 5.2.3 又は 5.2.4 によって試験基板に取付けることも可能である。取付けれない場合，

供試品は，試験期間中，適切な固定具に固定しなければならない。 

試験は，次に定義されるパルスで実施する。 

パルス波形: 10/700 

パルスピーク電圧: 𝑈test = 𝑥  × ඥ𝑃 × 𝑅，x≧10 の場合， 

Ûtest ≤ y × Umax，y ≥ 2 で制限される。 

個別規格には x と y との値を記載する。 

注記 乗数に与えられた最小値 x=10 及び y=2 は，JIS C 5201-1:2021 の 8.2.6 で形状 10/700 のパルスに対

して定義されている最も低い厳しさ（厳しさ 4）を確立する。 

この試験は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器に対してだけ必須である。 

5.3.9 周期的パルス高電圧過負荷試験 

この試験は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器にだけ必須の 5.4.2 の周期的パルス過負荷試験の代

替として示す。 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 8.3 による。 

供試品は，個別規格に記載されているように，取り外すことも 5.2.2 によって試験基板に取り付けること

も 5.2.3 又は 5.2.4 によって試験架台に取付けることも可能である。取付けない場合，供試品は，試験期間

中，適切な試験架台に固定しなければならない。 

供試品は，1 つの供試品からの熱が隣接する供試品に可能な限り影響を与えないように配置する。供試

品は，JIS C 5201-1:2021， 5.2.3 に規定された試験のための標準大気条件で自由空気中に置く。 

注記 試験架台に取付けられた供試品の場合，通常，試験架台を水平に配置し，供試品を試験架台内で

水平に整列させることによって達成される。試験基板に取り付けられた供試品の場合，これは通

常，試験基板を垂直に配置し，供試品を水平な列に垂直方向に整列させることによって達成され

る。 

推奨する正方形パルス過負荷試験電圧は，次による。 

 𝑈test = ඥ25 × 𝑃 × 𝑅, 
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で制限される厳しさ 3 として規定されている。 

 Ûtest ≤ 3 × Umax 

ここで， P70： 定格電力 

 Rn： 公称抵抗値 

 Umax： 素子最高電圧 

 

試験期間:𝑡test = 100 ାହ ℎ 

パルスの期間: tpulse＝100 μs 

パルス周波数: fpulse＝400 Hz 

個別規格では，厳しさ 3 で選定された 25 よりも高い過負荷係数を指定することが可能である。その場

合，100 時間の試験時間と 100 μs のパルス時間を維持し，パルス周波数を調整して，定格電力 P 70 の 100%
のパルス周期の平均電力を確保する必要がある。表 6 に示す推奨される代替過負荷条件による。 

表 6－推奨する代替過負荷条件 

厳しさ  ピーク電力  𝑷  
パルス電圧  𝑼 test パルス時間  

t pulse 
パルス周波数  

fpulse 

 W V μs Hz 

3a 40×Pr ඥ40 × 𝑃 × 𝑅 100 250 

3b 63×Pr ඥ63 × 𝑃 × 𝑅 100 160 

3c 100×Pr ඥ100 × 𝑃 × 𝑅 100 100 

3d 160×Pr ඥ160 × 𝑃 × 𝑅 100 63 

3e 250×Pr ඥ250 × 𝑃 × 𝑅 100 40 

3f 400×Pr ඥ400 × 𝑃 × 𝑅 100 25 

3g 630×Pr ඥ630 × 𝑃 × 𝑅 100 16 

3h 1 000×Pr ඥ1 000 × 𝑃 × 𝑅 100 10 

 

この試験を事前の試験計画で実施する場合は，視覚的な欠陥や抵抗の変化がないかどうかを検査する。

許容される抵抗値の変化のそれぞれの性能要件は，箇条 6，可能であれば表 7 に記載する。 

この試験は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器に対してだけ必須である。 

5.3.10 外観検査 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.1 による。 

外観検査は，抵抗器本体及び端子に適用する。 

表示が有る抵抗器の表示の目視検査は，7.1 によって必要な表示項目に適用する。 

抵抗器の包装材の目視検査は，7.2 によって，関連する包装材規格 JIS C 0806-1 又は JIS C 0806-2 を適

用する。 
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5.3.11 寸法（ゲージ法） 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.2 による。 

抵抗器本体，リード線の長さ及び直径（又は，高さ及び幅）を測定する。 

アキシャルタイプ抵抗器本体の長さは，厚さ 4 mm のゲージジグを用いて，IEC 60294:2012 の 3.1 に規

定よって評価する。 

抵抗器本体の直径は，IEC 60294:2012 の箇条 5 によって測定する。円筒形でない抵抗器本体にも同様の

方法を用いる。 

個別規格に規定がある場合，図 9 に示されている実効離心量 e'は，その規定に従い測定する。 

個別規格に規定がある場合，図 7 a)に示されている保護塗装樹脂のはみ出しの長さ，寸法 c は，IEC 
60294:2012 の箇条 4 によって測定する。又は，図 7 b)に示されている保護塗装樹脂のはみ出しを含む本体

の長さ，寸法 Lc は，個別規格によって測定又は，ゲージ測定する。 

5.3.12 詳細寸法 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.3 による。 

個別規格で規定する全ての寸法を測定する。 

アキシャルリード端子付き抵抗器の本体の長さ及び直径は，IEC 60294:2012 の 3.1 によって，厚さ 4 mm
のゲージプレートを用いて確認する。端子の直径を確認する必要がある。 

個別規格に規定がある場合は，IEC 60294:2012 の箇条 4 によって，図 7 a)に示している保護塗装樹脂の

はみ出しの長さ寸法 c を測定するか，又は図 7 b)に示されている保護塗装樹脂のはみ出しを含む本体の長

さ寸法 Lc を個別規格によって測定又は，ゲージ測定する。 

その他の全ての抵抗器形式は，本体の長さ及び幅を確認する。端子の長さ又はタブ端子の幅又はリード

線端子の長さを確認する。該当する場合には，ラジアルリード又はタブ端子の本体の端までの長さを確認

する。 

個別規格に規定がある場合には，図 9 に示されている偏心量 e を，規定に従い測定する。 

関連規格には，確認する関連寸法を規定する。 

5.3.13 抵抗体強度 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.4 による。 

この試験は，最小本体長 L が 18 mm の供試品に適用する。 

試験中に本体にかかる最大推力は，個別規格に規定する。 

5.3.14 電極強度 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.5 による。 

試験は，アキシャル端子に適用され，次のとおり端子形状に応じて他の端子にも適用される限り適用す
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る。 

供試品のグループ全体に対して，JIS C 5201-1:2021 の 9.5.4.2 に規定されている Ua1–引張試験を実施す

る。 

フィルム抵抗器：JIS C 5201-1:2021 の引張り力，表 13 を適用する。 

巻線抵抗器：最小引張力は，Fp＝20 N である。 

次に，供試体のグループの半分に対して，JIS C 5201-1:2021 の 9.5.4.3 によって，試験 Ub–曲げ試験を行

う。ここでは，2 つの連続する曲げを交互に適用する。 

供試体のグループの残り半分に対して，JIS C 5201-1:2021 の 9.5.4.4 によって，試験 Uc–ねじり強さ試験

を行うものとし，ここでは，方法 1，厳しさ 2 を適用する。 

各タイプが前述の試験 Ua1 又は試験 Ub 又は試験 Uc で試験できない場合，個別規格には，それらの端子

に関する実用的な試験方法を規定する。 

5.3.15 バンプ 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.9 による。 

JIS C 60068-2-27:2011 の 8.3.1 によってスイープによる耐久性，共振にさらされないように供試品を取付

け，次の詳細条件について規定する。 

加速度：40 gn でパルス持続時間 6 ms （390 m/s2 又は 400 m/s2 使用可能） 

パルス波形：正弦半波 

バンプの総数: 5 000 又は 4 000 

新しい製品規格の推奨値は，5 000 バンプであるが，製品が既に 4 000 バンプで認定されている場合は，

この数値を使用が可能である。 

個別規格には，採用する取付け方法を規定する。試験器具には，本体質量が 5 g 以上の抵抗器を取付け

てもよい。アキシャルリード線があり，リード線だけに取付けることを目的とした抵抗器の場合，本体と

取付け点との間の距離は，6 mm±1 mm とする（取付けについて，JIS C 60068-2-47 による）。 

バンプ試験及び衝撃試験は，代替とみなす。個別規格には，両方を規定するか，どちらか一方だけを規

定するか記載する。 

5.3.16 衝撃 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.10 による。 

JIS C 60068-2-27:2011 の 8.3.1 によって，共振にさらされないように供試品を取り付け，次の詳細につい

てスイープして耐久性を確保する。 

加速度：100 gn（490 m/s 2又は 500 m/s 2 が使用可能） 

パルス継続時間：11 ms 
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パルス波形：正弦半波 

厳しさ：3 軸にそれぞれ加える三つの連続した衝撃 
     相互に垂直な方向（合計 18 回の衝撃） 

採用する取付方法は，個別規格で規定する。本体の質量が 5 g 以上の抵抗器を試験器具に取り付けるの

がよい。アキシャルリード線があり，リード線だけに取り付けることを目的とした抵抗器の場合，本体と

取付けポイントとの間の距離は（6±1）mm とする（取付けは，JIS C60068-2-47 による）。 

バンプ試験及び衝撃試験は，代替とみなす。個別規格には，両方を規定するか，どちらか一方だけを規

定するか記載する。 

5.3.17 振動 

5.3.17.1 一般 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.11 による。 

用いる方法は，JIS C 60068-2-6:2010 の 8.3.1 によって，共振にさらされないように供試品を取り付けた

状態で掃引し，次の詳細について耐久性を確認する。 

個別規格には，用いる取付け方法を規定する。試験器具は，本体質量が 5 g 以上の抵抗器を取り付ける

必要がある。アキシャルリード線があり，リード線だけに取り付けることを目的とした抵抗器の場合，本

体と取付けポイントとの間の距離は（6±1）mm とする（取付けは，JIS C 60068-2-47 による）。 

5.3.17.2 PCB 取付用のアキシャルリードがあるタイプ 

PCB 取付用のアキシャルリードがあるタイプの条件は，次による。 

周波数範囲：f1=10 Hz～500 Hz 

振幅：a＝98 m/s2，Δr＝0.75 mm のいずれか厳しい方で制限 

期間：n＝各軸で 10 回の掃引サイクル（x，y，z, ） 
    その結果，試験時間 tload＝2 時間，軸あたり 5 時間となる。 

5.3.17.3 その他の端子を有する抵抗器 

その他の端子を有する抵抗器の条件は，次による。 

周波数範囲: f1＝10 Hz～2 000 Hz 

振幅：a＝98 m/s2 又は Δr＝0.75 mm のいずれか厳しい方 

期間：合計期間 6 時間 

5.3.18 温度急変 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.1 による。 

低温：θinf＝LCT 
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最高温度：θsup＝UCT 

サイクル数：n=5 

5.3.19 温度急変（100 サイクル以上） 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.1 による。 

低温：θinf＝LCT 

最高温度：θsup＝UCT 

サイクル数：n の推奨値は，50，100 及び 200 

個別規格には，個々の形式のプロパティと機能に応じて，n に異なる値を選択が可能である。 

個別規格には，個々の形式に応じて n のサイクル数を選択する必要がある。 

この試験は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器に対してだけ必須である。 

5.3.20 一連耐候性 

5.3.20.1 一般 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.3 による。 

供試品は，個別規格に記載されているように，そのままとするか，5.2.2 によって試験基板に取り付ける

か，5.2.3 又は 5.2.4 によって試験架台に取り付けることが可能である。搭載しない場合は，試験期間中，

適切な架台に供試品を配置する。 

5.3.20.2 高温 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.3.4.2 による。 

抵抗器は，JIS C 60068-2-2 の試験 Bb を受け，16 時間にわたってカテゴリ上限温度を保つ。 

温度の急激な変化の影響が供試品に悪影響を及ぼさないことが知られているため，供試品を UCT の試

験槽に実験室温度から直接導入し，そこから直接取り出すことが可能である。 

5.3.20.3 温湿度サイクル，最初のサイクル 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.3.4.3 による。 

55 °C 厳しさ b)，24 時間サイクルを実施する。 

5.3.20.4 低温 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.3.4.4 による。 

抵抗器は，JIS C 60068-2-1 の試験 Ab を受け，2 時間の間，カテゴリ下限温度に保つ。 

温度の急激な変化の影響が供試品に悪影響を及ぼさないことが知られているため，供試品を任意の温度

又は実験室温度からカテゴリ下限温度まで直接冷却室に導入し，そこから直接取り出すことが可能である。 
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供試品を実験室温度以下の温度で試験室に投入する場合は，供試品の水分が凝縮しないように注意する

必要がある。 

5.3.20.5 減圧 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.3.4.5 による。 

大気圧：Pamb＝8 kPa（水準 G に分類される抵抗器の場合），又は 
     Pamb＝1 kPa（水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器の場合）。 

注記 ISO 2533 によると，気圧 1 kPa は海抜約 31 200 m，気圧 8 kPa は海抜約 17 600 m を表す。 

5.3.20.6 温湿度サイクル，残りのサイクル 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.3.4.6 による。 

残りのサイクル数は気候区分によって異なり，JIS C 5201-1:2021 の表 20 に示す。 

温度の許容値は，JIS C 5201-1:2021，5.3.2 による。 

5.3.20.7 直流負荷 

直流負荷は，JIS C 5201-1:2021 の 10.3.4.7 による。 

5.3.20.8 最終検査及び測定 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.3.5 による。 

絶縁抵抗器の絶縁抵抗の測定は，5.3.26 による。 

5.3.21 高温高湿（定常） 

注記 この試験は，負荷湿度試験又は 40/93 試験とも呼ばれている。 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.4 による。 

A 群の供試品は取り外せるが，B 群及び C 群の供試品は，個別規格に記載されているとおり，5.2.2 によ

って試験基板に取り付けるか，5.2.3 又は 5.2.4 によって試験架台に取り付ける。取り外せる場合は，試験

期間中，供試品を適切な架台に配置する。 

この試験の期間 texp は，耐候性カテゴリによって異なる。期間の許容値は，JIS C 5201-1:2021 の 5.3.4 及

び JIS C 5201-1:2021 の表 21 による。 

温度の許容値は，JIS C 5201-1:2021 の 5.3.2 による。 

絶縁抵抗器の絶縁抵抗の測定は，5.3.26 による。 

5.3.22 はんだ付け性（鉛フリーはんだ） 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 11.1 による。 

この試験は，端子にはんだ付け可能な端子又は，はんだ付け可能な領域があるタイプにだけ適用する。

関連する個別規格が，そこでカバーされている製品の鉛フリーはんだ工程との互換性を明示的に除外して
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いる場合，この試験は適用しない方がよい。 

はんだ付け性試験の前に，前処理を実施する。個別規格で別特に規定がない限り，前処理 3 a)すなわち，

155°C の高温で 4 時間，JIS C 5201-1:2021 の表 27 による。）を採用する。加速劣化後，供試品は 2 時間か

ら 24 時間の範囲で標準大気条件で試験を受ける。 

様々な鉛フリーはんだ合金は，それぞれの工程温度要件及び典型的なはんだ付け方法を備えて，リード

付き低電力抵抗器の組立てに適用可能である。JIS C 5201-1:2021 の 11.1.4.1 による。 

– スルーホール技術で組み立てられる製品は，通常，ウェーブはんだ付け又は選択的はんだ付け工程に

よってはんだ付けされ，一般的なはんだ合金は，はんだ工程温度群 4：高温に割り当てられている。 

– 表面実装技術で組み立てられる製品は，一般的にリフローはんだ付け工程によってはんだ付けされ，

一般的なはんだ合金は，はんだ工程温度群 3：中－高温に割り当てられている。 

個別規格では，それがカバーする抵抗器に使用される主要な組立技術に基づいて，JIS C 5201-1:2021 の

11.1.4.4 から選択された次のはんだ付け性試験条件のいずれかを規定する。 

群 4 のはんだ付け性試験では，はんだ槽法を採用し，JIS C 5201-1:2021 の表 30，方法 1 によって，次の

詳細を規定する。 

はんだ合金：Sn 99.3 Cu 0.7 

はんだ槽温：θbath＝（250±3） °C 

浸せき時間：timm＝（3±0.3）s 

群 3 のはんだ付け性試験は，はんだ槽法を採用し，JIS C 5201-1:2021 の表 30，方法 1 によって，次の詳

細を規定する。 

はんだ合金：Sn 96.5 Ag 3.0 Cu 0.5 

はんだ槽温：θbath＝（245±3）°C 

浸せき時間：timm＝（3±0.3）s 

注記 鉛フリーはんだ合金は，代表的な工程温度によって群にすることが可能である。主にリフローは

んだ付けに使用される代表的なはんだ合金は，SnAgCu が代表的な（中－高温）用の群に含まれ

ている。SnCu はんだ合金はウェーブはんだ付け用の代表的なもので，（高温）用の群に含まれて

いる。 

熱遮蔽板を用いる場合は，個別規格に規定する。 

関連する個別規格で，そこでカバーされている製品の鉛フリーはんだ工程との互換性が明示的に除外さ

れている場合，この試験の実施は必要ない。 

5.3.23 はんだ付け性（SnPb はんだ） 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 11.1 による。 

この試験は，端子にはんだ付け可能な端子又ははんだ付け可能な領域があるタイプにだけ適用される。

この試験は，関連する個別規格が，そこでカバーされている製品と有鉛ベアリングはんだ付け工程との互

換性を明示的に除外している場合には適用されない。 
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はんだ付け性試験の前に，加速エージングを実施する。個別規格で異なる規定がない限り，エージング

3 a) （すなわち，155°C の高温で 4 時間，JIS C 5201-1:2021 の表 27 による。）を採用する。加速劣化後，

供試品は 2 時間から 24 時間の範囲で標準大気条件で試験を実施する。 

リード線端子付き高電力抵抗器の組立に適用可能な様々な有鉛はんだ合金は，はんだ工程温度群 2：中

温に割り当てられており，JIS C 5201-1:2021 の 11.1.4.1 による。これらのはんだは，ウェーブはんだ付け

及びリフローはんだ付けにも同様に使用される。 

群 2 のはんだ付け性試験は，はんだ槽法を採用し，JIS C 5201-1:2021 の表 30，方法 1 によって，次の詳

細を記載する。 

はんだ合金：Sn 60 Pb 40 又は Sn 63 Pb 37 

はんだ槽温：θbath＝（235±3）°C 

浸せき時間：timm＝（2±0.2）s 

熱遮蔽板は，個別規格に記載されている場合にだけ使用可能である。 

この試験は通常，鉛フリー端子めっきの製品にも適用が可能である。これは，これらのめっきのほとん

どが鉛含有はんだ工程にも対応している。関連する個別規格で，そこでカバーされている製品と，鉛含有

はんだ （SnPb）を用いる従来のはんだ付け工程との互換性が明示的に除外されている場合，この試験の実

施は必要ない。 

5.3.24 はんだ耐熱性 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 11.2 による。 

この試験は，はんだの熱に反応するほど小さい抵抗器にだけ適用する。個別規格には，この試験を用い

るかどうかを記載する。例えば，大きな巻線抵抗器はこの試験の影響を受けないため，試験する必要はな

い。 

はんだ耐熱性は，JIS C 60068-2-20 の試験 Tb，はんだ槽法によって，次の厳しさで試験する。 

はんだ合金：SnPb，SnCu，SnAgCu，SnAg のいずれかの合金 

はんだ槽温度：θbath＝（260±3）°C 

浸せき時間: timm＝（10±1）s 

熱遮蔽板は，個別規格に記載されている場合にだけ用いる。 

5.3.25 耐溶剤性 

詳細は，JIS C 5201-1:2021 の 11.3 の方法 1 による。 

この試験の条件 1（例：THT 条件）は，プリント基板のはんだ付けに適した抵抗器にだけ適用する。 
溶媒：イソプロピルアルコール（IPA） 

溶媒温度：θbath＝（23±5）°C 又は(50ିହ   ) °C 

浸漬時間：timm=（5±0.5）min 
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ラビング装置：脱脂綿，又は歯ブラシ， 

    個別規格に従って。 

ストローク数: n=10 

この試験の条件 2（ラビングだけ）は，プリント基板のはんだ付けが想定されていない抵抗器の表

示だけに適用する。  

溶媒：イソプロピルアルコール（IPA） 

溶媒温度：θbath＝（23±5）°C 

ラビング装置：コットン又は歯ブラシ，  

     個別規格に準拠 

ストローク数: n=10 

注記 与えられた溶媒 IPA は，イソプロピルアルコール，イソプロパノール，又は 2-プロパノールと命

名される。これらの試験には十分な消耗が必須である。 

5.3.26 絶縁抵抗 

この試験は，絶縁形抵抗器（3.1.1 及び 6.2 による。）にだけ適用する。 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 12.1 による。 

絶縁抵抗の測定は，JIS C 5201-1:2021 の 12.1 に規定する適切な方法を用い，JIS C 5201-1:2021 の 12.1.3.2
の V ブロック法を推奨する。端子の特殊なタイプに基づいて，選択した方法又は特別な配置を個別規格に

記載する。 

試験基板に取り付けられた供試品の場合，適切な固定具に配置されたそのような試験基板は，供試品の

リード線との接続をまとめて試験機器のマイナス端子に接続し，下部支持として用いることが可能である。

V 字型の金属ブロック，又は適切なクランプを，適切なクランプ力で上から適用し，プラス端子に接続す

る。 

5.3.27 耐電圧 

この試験は，絶縁形抵抗器（3.1.1 及び 6.2 による。）にだけ適用する。 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 12.2 による。 

耐電圧の測定には，絶縁抵抗と同じ接続方法（5.3.26 による。）を用いる。 

絶縁電圧は，素子に適用可能な連続動作電圧を決して下回らない。1 以上，制限素子電圧の 42 倍とする。 

5.4 任意試験及び／又は追加試験 

5.4.1 単パルス高電圧過負荷試験 

この試験は，パルス形状 1.2/50 を用いた 5.3.8 の（単パルス高電圧過負荷試験）の代替の厳しさとして表

示されます。 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 8.2 による。 

供試品は，個別規格に記載されているように，製品を取り外すか，5.2.2 によって試験基板に搭載するか，
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又は 5.2.3 又は 5.2.4 によって試験架台に搭載して試験する。搭載されていない場合，試験の間，供試品は

適切な固定具に配置する。 

試験は，次の規定されたパルスで行う。 

パルス波形：1.2/50 

パルスピーク電圧：𝑈test = 𝑥  × ඥ𝑃 × 𝑅 x≧20 の場合 

で制限される𝑈test ≤  𝑦  × 𝑈maxで定義され，y≧5 である。 

個別規格には，x 及び y の値を記載する。 

5.4.1 の単パルス高電圧過負荷試験は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器に対してだけ必須である。 

この試験が高度な試験計画で適用される場合，供試体は視覚的欠陥及び発生した抵抗値の変化について

検査する。許容抵抗値の変化のそれぞれの性能要件は，箇条 6，可能である場合表 7 に記載する。 

5.4.2 断続過負荷試験 

この試験は，リード端子付き低電力非線巻（すなわち皮膜）固定抵抗器の伝統的な規格で採用されてき

た歴史のある試験方法である。この試験は，履歴試験要件の厳密な継続を必要とする規格でだけ用いる必

要がある。その後，5.3.9 の周期的パルス高電圧過負荷試験を置き換える必要がある。 

この試験の全体的な厳しさは，現在の製品の機能及び一般的なアプリケーションの性能要件に照らして

不十分であると考えられる。この欠点は，ピーク負荷が低いこと，平均電力が供試品の定格電力より低い

こと，及び適用されるパルス数が限られていることで認識される。 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 8.4 による。 

供試品は，個別規格に記載されているように，5.2.2 によって試験基板に，又は 5.2.3 又は 5.2.4 によって

試験架台に取り付ける。試験基板は水平に取り付け，試験用の標準大気条件（例えば周囲温度 15 °C から

35 °C）で自由空気中に置く。 

注記 試験架台に取り付けられた供試体の場合，通常，試験架台を水平に配置し，供試体を試験架台内

で水平にそろえることによって実現される。試験基板に取り付けられた供試体の場合，これは通

常，試験基板を垂直に配置し，供試体を水平行の垂直方向にそろえることによって実現される。 

望ましいパルス過負荷試験電圧は 

 𝑈test = ඥ15 × 𝑃 × 𝑅 で制限される。  

 𝑈test max = 2 × 𝑈௫  

ここで， P70： 定格電力 

 Rn： 公称抵抗値 

 Umax： 素子最高電圧 

 

試験の期間は，次の詳細によって決定する。 

パルスサイクル数：n＝1 000 
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印加時間：ton=0.1s 及び 

停止状態の継続時間：各パルスサイクル内で toff＝2.5 s 

試験計画でこの試験の実装に関するアドバイスは E.4 による。  

この試験を高度な試験計画で適用する場合，供試品に視覚的欠陥がないか，及び抵抗の変化がない

かを検査する。許容抵抗値の変化のそれぞれの性能要件は，箇条 6，可能である場合表 7 に記載す

る。  

5.4.3 静電気放電（ESD） 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 8.5 による。 

供試品は，個別規格に記載されているように，製品を取り外すか，5.2.2 によって試験基板に搭載するか，

又は 5.2.3 又は 5.2.4 によって試験架台に搭載して試験する。搭載されていない場合，試験の間，供試品は

適切な固定具に供試品を配置する。 

ESD 試験電圧は抵抗器形式の関数である。個別規格は，試験電圧 UHBM の値を，可能であれば JIS C 5201-
1:2021 の 8.5.4 に記載されている推奨値から記載する。試験電圧には，±2 %の相対公差を適用する。 

正極性と負極性との等しい放電数は，個別規格に次のように記載する。 

正の放電 npos = 1 は，水準 G に分類される抵抗器の場合 
      npos ＝ 3 は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器の場合 

負性放電 nneg = 1 は，水準 G に分類される抵抗器の場合 
      nneg = 3 は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器の場合 

2 回の放電の間の最小時間は 1 s とする。 

この試験は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器に対してだけ必須とするのがよい。 

試験計画におけるこの試験の実施に関する助言は E.9 による。 

この試験を高度な試験計画に適用する場合，供試品に視覚的欠陥がないか，及び抵抗の変化がないかを

検査する。許容される抵抗値の変化のそれぞれの性能要件は，箇条 6，可能である場合，表 7 に記載する。 

5.4.4 ねじスタッド又はねじ端子の堅牢性 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.6 による。 

次の試験は，アキシャル端子に適用され，端子形式に応じて，他の端子にも適用される限り適用する。 

個別規格には，JIS C 5201-1:2021 の 9.5 試験 Ua1，試験 Ub，又は試験 Uc で言及されている試験で適用

外タイプ可能な任意の実用的な試験方法を記述が可能。 

試験計画でのこの試験の実装に関するアドバイスは，E.10 による。 

この試験が高度な試験計画で適用される場合，供試品に視覚的欠陥がないか，抵抗の変化が発生してい

ないかを検査する。許容される抵抗値の変化のそれぞれの性能要件は，箇条 6，可能である場合表 7 に記

載する。 
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5.4.5 低温動作 

この試験は，5.3.20 及び JIS C 5201-1:2021 の 10.3 の一連耐候性の受動的低温試験を補完するものとして

提示されており，この規格の範囲内では，全ての試験計画の必須部分として残っている。 

次によるほかは，JIS C 5201-1:2021 の 10.2 による。 

供試品は，個別規格で規定されているように，取り外せるほか，5.2.2 によって試験基板に取り付けるこ

とも，5.2.3 又は 5.2.4 によって試験架台に取り付けることも可能である。取り外せる場合は，試験期間中，

供試品を適切な架台に配置する。 

試験計画におけるこの試験の実施に関する助言は E.5 による。 

この試験を高度な試験計画に適用する場合，供試品に視覚的欠陥がないか，抵抗の変化がないかを検査

する。許容される抵抗値の変化のそれぞれの性能要件は，箇条 6，可能である場合表 7 に記載する。 

この試験は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器に対してだけ必須とする。 

5.4.6 高温高湿（加速） 

注記 この試験は，耐湿負荷寿命試験又は 85/85 試験とも呼ばれている。 

この試験は，5.3.21 及び JIS C 5201-1:2021 の 10.4 の高温高湿（定常）の補足として提示されており，こ

の規格の範囲内では，全ての試験計画の必須部分として残っています。 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.5 による。 

供試品は，個別規格に記載されているように，5.2.2 に従って試験基板に，又は 5.2.3 又は 5.2.4 によって

試験架台に取り付ける。 

この試験の期間 texp は 1 000 時間である。期間の許容値は，JIS C 5201-1:2021 の 5.3 による。 

温度の許容値は，JIS C 5201-1:2021 の 5.3.2 による。 

個別規格には，試験の厳しさ JIS C 5201-1:2021 の 10.5.4.1 による，a)又は b)を規定する。 

関連規格には，供試品に適用する必要なバイアス電圧を記載する。 

温度上昇を 2 K 未満に制限することに関するこの試験の JIS C 60068-2-67:1995 の B.2 a)の勧告に従うた

めに，試験は定格電圧 Ur の 10 %のバイアスで実施する（JIS C 5201-1:2021，表 23 の DC バイアス電圧 a)
による）。 

注記 IEC では，a)は通常の状態です。自動車の性能要件では，b)の方が要求される。 

絶縁形抵抗器の絶縁抵抗の測定は，5.3.26 による。 

試験計画でのこの試験の実装に関するアドバイスは E.6 による。 

この試験が高度な試験計画で適用される場合，供試品に視覚的欠陥がないか，及び抵抗の変化がないか

を検査する。許容される抵抗値の変化のそれぞれの性能要件は，箇条 6，可能な場合表 7 に記載する。 

この試験は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器に対してだけ推奨する。 
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5.4.7 偶発的過負荷試験 

注記 この試験は，発炎性燃焼試験とも呼ばれる。 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 12.3 による。 

ガーゼシリンダーの寸法は，直径及び長さ並びに異なるタイプの端子を考慮して，関連する仕様によっ

て全ての抵抗器タイプについて定義する。 

この試験の結果は，この規格の JIS C 5201-1:2021，の 12.3.7 及び 6.9 による。 

試験計画でこの試験の実装に関するアドバイスは，E.7 による。 

この試験を事前の試験計画で実施する場合は，視覚的な欠陥や抵抗の変化がないかどうかを検査する。

許容される抵抗値の変化のそれぞれの性能要件は，箇条 6，可能な場合表 7 に記載する。 

5.4.8 受動燃焼性 

注記 この試験は，ニードルフレーム又はパッシブ可燃性試験とも呼ばれる。 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 12.4 によってニードルフレーム試験を適用する。 

適用期間：ta＝10 s，公差は 0／-1 s  

不燃性は，設計又は試験によって確認可能である。 

セラミック，金属，コンクリート，エナメル，又はその他の不燃性の材料だけで構成され，いかなる種

類のラッカーも用いていない抵抗器は，一度試験を行い，構造の変更がない限り，それ以上の試験を行わ

ずに不燃性であると宣言することが可能である。 

試験計画でのこの試験の実装に関するアドバイスは E.8 による。 

この試験が高度な試験計画で適用される場合，供試品に視覚的欠陥がないか検査する。最大燃焼時間の

それぞれの性能要件は，箇条 6，可能な場合表 7 に記載する。 

6 要求性能 

6.1 一般 

この規格を参照する個別規格に記載されている試験の厳しさ及び要求事項は，同等以上の実績水準でな

ければならない。実績水準が劣ることは認めるられない。 

試験の厳しさは，この個別規格の一般仕様 JIS C 5201-1:2021 の箇条 5 の性能要件及び推奨事項によっ

て，個別規格に記載する。 

6.2 抵抗値の変化の限界 

列見出しに記載されている全ての試験の抵抗値の変化の推奨制限を表 7 に示す。抵抗器の性能を分類す

るために，抵抗値の変化限界を安定性クラスに割り当てる。個別規格に記載されている性能要件は，これ

らの安定性クラスの適切な選択及び割り当てられた優先限界に基づく。 

抵抗値の変化の限界は，一般に絶対偏差 a と相対偏差 p×R との和で表される。  
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 𝛥𝑅 = 𝑝 × 𝑅 + 𝑎 

ここで，無次元実数 p は代表的にはパーセントで表される。 

例 1 R=100 Ω の抵抗器の場合，許容される相対偏差の係数は p ＝ 0.005 = 0.5 %となり，許容される絶

対偏差は a = 0.01 Ω = 10 mΩ となる。これによって，ΔR = (0.5 %×100 Ω+10 mΩ) = (0.005×100 Ω 
+0.01 Ω) = 0. 51 Ω の総許容偏差となる。 

注記 絶対偏差と相対偏差との合計は，幾つかの抵抗値の変化メカニズムが実際の抵抗値とリンクして

いるという性質を反映しており、他の幾つかのメカニズムは抵抗値から独立している。 

絶対偏差のもう一つの歴史的背景は，おそらく，当時利用可能だった低抵抗が何であれ，低抵

抗測定の不確実性に関連している。時間の経過に伴う測定能力の向上は，絶対偏差が冗長になっ

たことを示唆している。ただし，これらの改善は，抵抗値の変化メカニズムの絶対的なシェアを

放棄するものではない。 

絶対偏差及び相対偏差の均等配分が適用されるのは， 
 𝑅′ =  

R＜R'の低いオーム抵抗では，相対配分は絶対配分に対して有意性を失う。R＜＜R'の場合，支配的な絶

対偏差は試験された抵抗 R と同じ桁に達するか，R を超える可能性さえあり，これにより，そのような安

定性要件が抵抗の一般的な品質と一致していないように見える可能性がある。したがって，個別規格の作

成者は，カバーされる低抵抗の範囲について，表 7 に示されているどの提案よりも小さい可能性がある合

理的な絶対偏差を与えることを推奨する。 

例 2 100 mΩ までの抵抗範囲に ΔR＝±（0.5 % ×R＋50 mΩ）の許容抵抗値の変化を適用すると，許容

変化は範囲の下限で±50.5 %，になる。製品の使用者は，おそらくはるかに優れた安定性を期待

すると思われるため，このような場合には，関連規格の作成者は，より低い許容絶対偏差を用い

ることを推奨する。 

R＞R'の高抵抗の場合，絶対シェアは相対シェアに対して有意性を失う。例えば，R＝100×R'の場合，絶

対シェアは相対シェアの僅か 1 %になる。表示を明確にするために，このような取るに足らない絶対シェ

アは，もはや表示も適用しない。 

例 3 ΔR＝±（0.5 % R＋50 mΩ）の許容される抵抗値の変化を適用すると，R'＝10 Ω に対して偏差の均

等なシェアが得られます。1 kΩ では，絶対シェアはわずか 0.005 %R であり，これは相対シェアの

1 %であり，抵抗器の品質評価にはほとんど不可欠ではない。したがって，絶対シェアがまだ提示

されていて，任意の R≧1 kΩ に適用されている場合，関連規格又は関連する試験レポートの読者

を混乱させるだけである。 
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表 7－抵抗値変化の限界 

 
 
 
 

安定性

クラス
d) 

抵抗値変化（⊿R）の限界  

長期試験  短期試験  高度なストレス試験  
JIS C 5201-1:2021 JIS C 5201-1:2021 JIS C 5201-1:2021 JIS C 5201-1:2021 JIS C 5201-1:2021 
10.3 一連耐候性 
10.4 高温高湿（定常） 
7.3 最高温度での耐久

性 
10.5 高温高湿（加速） 
 

7.1 定格温度 70 ℃での耐久性 
7.2 室温での耐久性 
 
 

8.1 短時間過負荷 
9.5 電極強度 
11.2 はんだ耐熱性 
10.1 温度急変，5 サイクル b) 
9.11 振動 
9.9 バンプ c) 
9.10 衝撃 c) 

 

10.1 温度急変， 
50 サイクル以上 

8.2 単パルス高電圧過

負荷試験 a) 
8.5 静電気放電 a) 
10.2 低温動作 a) 

 

8.3 周期的パルス高

電圧過負荷試験 
a) 
 

8.4 断続過負荷試験  
a) e) 
 

  
 1 000 h 延長 8 000 h a)    

10 ±（10 % R+0.5Ω）  ±（10 % R+0.5 Ω）  ±（20 % R+0.5 Ω）  ±（2 % R+0.1 Ω）  

±（1 % R+0.05 Ω）  ±（2 % R+0.05 Ω）  5 ±（5 % R+0.1Ω）  ±（5 % R+0.1 Ω）  ±（10 % R+0.1 Ω）  ±（1% R+0.05 Ω）  

2 ±（2 % R+0.1Ω）  ±（2 % R+0.1 Ω）  ±（5 % R+0.1 Ω）  ±（0.5 % R+0.05 Ω）  

1 ±（1 % R+0.05Ω）  ±（1 % R+0.05 Ω）  ±（2 % R+0.05 Ω）  ±（0.25 % R+0.05 Ω）  
±（0.5 % R+0.05 Ω）  ±（1 % R+0.05 Ω）  

0.5 ±（0.5 % R+0.05Ω) ±（0.5 % R+0.05 Ω) ±（1 % R+0.05 Ω）  ±（0.1 % R+0.01 Ω）  

注 a) 水準 P 又は水準 R に分類された抵抗器にだけ試験が義務付けられている。 
注 b) 水準 G に分類された抵抗器にだけ試験に適用する。 
注 c) この試験の適用範囲は，JIS C 5201-4：2024 の 5.3.10 又は 5.3.16 による。 
注 d) より厳しい安定性クラスは，JIS C 5201-2：2024 による。 
注 e) この試験は選択で，JIS C 5201-1:2021 の 8.4 による。 
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6.3 TCR 

詳細は JIS C 5201-1:2021 の 6.2 による。 

表 8 に，この規格の JIS C 5201-1:2021 の 6.2 及び 5.3.2 に準拠した抵抗温度係数（以下，TCR という）

における可逆的抵抗値の変化の推奨限界値を示す。個別規格に記載された性能要件は，これらの推奨限界

値の適切な選択に基づく。 

TCR による抵抗値変化の推奨限界値を表 8 に示す。 
 

表 8－温度による抵抗値変化の限界 
抵抗温度 

係数 a) 

抵抗値変化（ΔR/R）の限界 

% 

カテゴリ下限温度／基準温度 基準温度／カテゴリ上限温度 

10-6/K 記号 b) −55 ℃ 
/20 ℃ 

−40 ℃ 
/20 ℃ 

−25 ℃ 
/20 ℃ 

−10 ℃ 
/20 ℃ 

20 ℃ 
/155 ℃ 

20 ℃ 
/175 ℃ 

20 ℃ 
/200 ℃ 

±1 000 W ±7.50 ±6.00 ±4.50 ±3.00 ±13.50 ±15.50 ±18.00 

±500 V ±3.75 ±3.00 ±2.25 ±1.50 ±6.75 ±7.75 ±9.00 

±250 U ±1.875 ±1.500 ±1.125 ±0.750 ±3.375 ±3.875 ±4.500 
−50 

/+250 Z 
−0.375 
/+1. 88 

−0.3 
/+1.5 

−0.225 
/+1.125 

−0.15 
/+0.75 

−0.675 
/+3.38 

−0.775 
/+3.875 

−0.90 
/+4.5 

±100 S ±0.750 ±0.600 ±0.450 ±0.300 ±1.350 ±1.550 ±1.800 

±50 R ±0.375 ±0.300 ±0.225 ±0.150 ±0.675 ±0.775 ±0.900 

±25 Q ±0.188 ±0.150 ±0.113 ±0.075 ±0.338 ±0.388 ±0.450 

±15 P ±0.113 ±0.090 ±0.068 ±0.045 ±0.203 ±0.233 ±0.270 

±10 N ±0.075 ±0.060 ±0.045 ±0.030 ±0.135 ±0.155 ±0.180 
注記 関連する仕様で規定されている他の温度範囲は，JIS C 5201-1:2021 の 6.2.1 による。 
注 a) 抵抗温度係数（TCR）を追加する場合は，個別規格に規定する。この場合，次に 大きい TCR に対して，

JIS C 60062:2019 に従って適用可能な記号を適用する。 
注 b) 記号は，JIS C 60062:2016 の 7.2 による。 

 

 

表 8 の各行は，4.6 のカテゴリ温度範囲に基づいて，温度による抵抗の変化（JIS C 5201-1:2021 の 6.2 に

よる。）の測定のための望ましい温度係数と抵抗値との変化の限界を示している。 

6.4 温度上昇 

この規格の JIS C 5201-1:2021 の 6.7 及び 5.3.3 による温度上昇試験の許容温度上昇 ΔTmax は， 

 Δθmax＝MET–70 °C 
 

ここで， MET： 素子最高温度 
この規格の範囲では，MET＞UCT が適用

される。 
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6.5 外観検査 

6.5.1 一般的な外観基準 

個別規格は，抵抗器本体及びその端子部の目視検査の合格基準を記載する。これらの合格基準は，次の

情報に基づく。 

－ JIS C 5201-1:2021 の 9.1.3a)～d)に示される一般的な基準。 

－ 附属書 B（検討中）に示されているこの規格の範囲内の抵抗器に適用される具体的な基準の例示。 

個別規格には，7.1 に規定された項目の表示の外観検査の合格基準を記載する。これらの合格基準は，次

の情報に基づく。 

－ JIS C 5201-1:2021 の 9.1.3 e)に示されている一般的な基準。 

－ 附属書 B（検討中）に示されているこの規格の範囲内の抵抗器に適用される具体的な基準の例示。 

6.5.2 試験後の外観基準 

試験後の外観検査の関連規格に，より具体的な性能要件が記載されていない限り，次の基準を適用する。 

－ 耐久試験後の許容可能な変色を除き，試験後に抵抗器本体及び端子に目に見える損傷がない。 

－ 表示付き抵抗器の必要な表示は，長時間耐久試験後を除き，試験後に判読可能とする。 

6.5.3 包装材の外観基準 

より具体的な性能要件が包装の外観検査の関連仕様として規定されている場合を除き，次の基準を適用

する。 

－ 一次包装は， 

・ 粘着テープは，粘着剤が露出しないように適切に整列されていなければならない。 

・ リード端子は，テープを超えて突き出てはならない。 

・ 抵抗器は，所定の公差内で，所定のピッチに集中する。 

・ テープは接合しない。 

－ 近接包装の場合 

・ ボックス又はリールの内側の幅は，外側のテープ幅の周りにぴったり収まるが，抽出時にテープを 
詰まらせることはない。 

・ ボックス又はリールに適用される表示は，7.3 で要求されている全ての詳細を示すものとし，ぼやけ

たりしわくちゃになったりしない。 

6.6 はんだ付け性 

良好なはんだ付け性を評価するための目視検査の性能要件は， 

表面の 95 %以上を新しいはんだで覆う。新しいはんだには，ピンホール，ぬれなし，はんだはじきなど

少量以上の散在する不完全な部分がない。これらの不完全な部分は，一か所に集中してはならない。 

6.7 絶縁抵抗 

この箇条の要求は絶縁抵抗にだけ適用される。 
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絶縁抵抗 Rins は，資格認定のための試験計画の群 3 の試験（表 9）で 1 GΩ 以上とする。 

絶縁抵抗 Rins は，次のいずれかの試験の後で 1 GΩ 以上とする。 

－ 70 °C での耐久性 

－ RT での耐久性 

－ 素子最高温度での耐久性（UCT／MET） 

及びいずれかの試験後 100 MΩ 以上  

－ 気候シーケンス 

－ 湿った熱，定常状態 

－ 湿った熱，定常状態が加速した。 

6.8 受動燃焼性試験 

JIS C 5201-1:2021 の 12.4.5 及び 12.4.6 による。 

燃焼時間 tb は 30 秒を超えてはならない。 

6.9 偶発的過負荷試験 

ガーゼの筒には燃焼 （裸火）が現れてはならない。裸火が発生した場合，過負荷を報告する。 

抵抗器が短絡しないようにする（JIS C 5201-1:2021 の 12.3.4.3 による）。専用の過負荷で抵抗器が裸火な

しで開回路になった場合，この値を報告する。 

7 表示，包装及び注文情報 

7.1 抵抗器本体へ 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021，4.4 による。 

公称抵抗値，公称抵抗値の許容差，及び適用可能かつ実施可能な場合は，TCR を JIS C 60062:2019 に従

って表示する。JIS C 60062:2019 の箇条 3 によるカラーコード，又は JIS C 60062:2019 の箇条 4 による文

字記号及び数字記号を用いることが可能である。 

文字及び数字記号によって表示を行う場合は，JIS C 60062:2019 の箇条 4 に示されている方法のいずれ

か，JIS C 60062:2019 の 5.2 に示されている許容差の文字記号，及び JIS C 60062:2019 の 7.2 に示されてい

る TCR の文字記号による。 

7.2 包装 

JIS C 5201-1:2021，4.8 による。 

適用可能な場合は，JIS C 0806-1 又は JIS C 0806-2 の規定によって，自動実装用のテーピングを実施す

る。この場合，一対の粘着テープが一次包装を構成し，テーピングした抵抗器を収納する箱又はリールが

近接包装を構成する。 

注記 JIS C 0806-2に従った包装が適用されるラジアル成形タイプの抵抗器に関する情報と推奨事項は，

参考資料の附属書 F に記載されている。 
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その他の部品は，粗雑な取扱いによる損傷を避けるために，段ボール箱にひとつひとつ梱包する。 

一次梱包及び近接梱包は目視検査を受ける。 

7.3 包装の表示 

JIS C 5201-1:2021 の 4.5 による。 

JIS C 5201-1:2021 の 4.5 に記載されている完全な必須情報を近接包装に表示する。 

7.4 発注情報 

個別規格には，抵抗器の発注に必要な最低限の情報として，次の情報を指定する必要がある。 

－ 個別規格の番号及び形式 

－ 公称抵抗値，公称抵抗値の許容差及び抵抗温度係数（適用可能な場合）。適用可能な場合は，JIS C 60062
に記載された英数字記号を用いる。 

個別規格に規定する製品の特殊なバリエーションは，標準の注文情報に任意の接尾辞を付けることで識

別することが可能である。 

例 リード線端子に鉛フリーめっきを施したアキシャルリード線端子付き皮膜抵抗器の個別規格があ

る。同じ個別規格には，鉛入りめっき（SnPb）を施したアキシャルリード線端子付き皮膜抵抗器

もあり，注文情報には B という接尾辞で識別される。 

通常，抵抗器の包装及び配送形式は注文情報の不可欠な部分ではないため，包装は発注工程で個別に指

定する必要がある。これによって，部品表の項目を，単なる物流情報から切り離し，技術的に関連する規

定事項に絞ることが可能である。 

この箇条の推奨事項は，製品分類の水準 P 又は水準 R の製品を対象とする個別規格の必要事項として適

用する。 

電子的な発注処理に用いる発注情報には，空間を含めてはならない。 

8 個別規格 

8.1 一般 

個別規格は，関連するブランク個別規格に基づき作成する。 

個別規格は，品目別通則，品種別通則又はブランク個別規格よりも緩い要求事項を指定してはならない。

より厳しい要求事項が含まれる場合には，個別規格のそれぞれの箇条に記載し，試験計画に注記などで示

す。 

各個別規格に 8.2 の事項を規定し，また，個別規格に規定する値は，この規格の該当する箇条で規定す

る値から選択する。 

8.2 個別規格に記載する情報 

8.2.1 外形図又は略図 
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他の抵抗器との識別及び比較を容易にするために，抵抗器の外形図又は略図を示す。 

8.2.2 種類，形状及び寸法 

種類，形状及び寸法は，4.2 による。 

互換性と実装に影響する全ての寸法とそれに関連する許容差は，外形と寸法を示す図面を用いて，個別

規格に規定する。 

テーピング包装を適切に行うために，テープで固定しないリード線の長さを規定することが望ましい。 

必要に場合は，図 9 に示す方法から選択し，リード端子の偏心量の規定方法を適用する。適切な測定方

法を規定し，最大許容寸法は寸法表を用いて規定する。 

必要な場合は，図 7 に示す方法から選択し，リード線の過剰な保護塗膜の長さを規定する方法を適用す

る。適切な測定方法を規定し，該当する最大許容寸法を寸法表に規定する。 

製品の質量は参考情報として記載することが可能である。 

8.2.3 耐候性カテゴリ 

耐候性カテゴリは，4.3 による。 

8.2.4 抵抗値範囲 

抵抗値範囲は，4.4 による。 

個別規格の公称抵抗値範囲と承認を得た範囲とが異なる場合，次の文章を追加することが望ましい。“そ

れぞれの形状記号に含む公称抵抗値の範囲及びその許容差並びに抵抗温度係数は，品質認証の登録，例え

ばウェブサイト www.iecq.org で確認できる。” 

注記 この細分箇条の上記の段落の内容は，IEC 電子部品品質認証制度（IECQ）の場合に対して記載し 
    ている。 

8.2.5 抵抗値の許容差 

抵抗値の許容差は，4.5 による。 

個別規格の公称抵抗値範囲と承認を得た範囲とが異なる場合は，次の文章を追加することが望ましい。

“それぞれの形状記号に含む公称抵抗値の範囲及びその許容差並びに抵抗温度係数は，品質認証の登録，

例えばウェブサイト www.iecq.org で確認できる。” 

注記 この細分箇条の上記の段落の内容は，IEC 電子部品品質認証制度（IECQ）の場合に対して記載し 
    ている。 

8.2.6 定格電力 P 70 

定格電力は，4.6 による。 

個別規格には，周囲温度 70 °C（定格温度）における最大許容電力 P70 を記載する。 

個別規格には，周囲温度 70 ℃以外の最大の電力，すなわち負荷軽減を，図又は文章によって規定する。 
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8.2.7 素子最高電圧 Umax 

素子最高電圧は，4.7 によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 3.1.11 による。 

8.2.8 絶縁電圧 Uins 

この内容は絶縁抵抗器だけに必要である。 

絶縁電圧は，4.8 によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 3.1.9 による。 

注記 3.1.1 による。 

8.2.9 絶縁抵抗値 Rins 

この内容は絶縁抵抗器だけに必要である。 

絶縁抵抗値は，4.9 及び 6.7 によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 3.1.8 による。 

注記 3.1.1 による。 

8.2.10 試験の厳しさ 

試験の厳しさは，5.3 及び適用する場合 5.4 による。 

8.2.11 試験後の抵抗値変化の限界 

試験後の抵抗値変化の限界は，6.2 及び表 7 による。 

8.2.12 抵抗温度係数 

抵抗温度係数は，6.3 及び表 8 による。 

8.2.13 表示 

抵抗器の表示は，7.1 による。 

包装の表示は，7.3 による。 

8.2.14 発注情報 

発注情報は，7.4 による。 

8.2.15 取付け 

個別規格には，通常の使用のための取付方法に関するガイダンスを規定する。このようなガイダンスは，

適用可能な限り，IEC 61760-1:2020 の箇条 5 に示されている組立工程条件の仕様に基づくことが可能であ

る。 

試験及び測定の目的で必要な取付けは，5.2 による。 

8.2.16 保管 

JIS C 5201-1:2021 の 4.9 による。 
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個別規格には，保管の許容期間，必要に応じて，定期性，適用する再審査，資格の方法及び要求事項を

規定する。 

8.2.17 輸送 

輸送は，JIS C 5201-1:2021 の 4.10 による。 

8.2.18 追加情報 

個別規格には，個別規格の明確化に必要な回路図，曲線，図面，メモなどの追加情報（通常は検査手順

で検証する必要はない）を含めることが可能である。 

8.2.19 品質評価手順 

個別規格には，資格認定及びそれに含まれる抵抗器の品質適合性検査のための完全な試験計画を記載す

る。 

9 品質評価手順 

9.1 一般 

JIS C 5201-1:2021 の附属書 Q による。 

9.2 定義 

9.2.1 製造の初期工程 

JIS C 5201-1:2021 の Q.1.3.1 による。 

高電力皮膜固定抵抗器の場合，製造の初期工程は，抵抗体皮膜の基体への着膜とする。 

巻線固定抵抗器の場合，製造の初期工程はあらゆる種類のコアへの抵抗線又はフラットワイヤの巻線と

する。 

9.2.2 構造的に類似した抵抗器 

JIS C 5201-1:2021 の Q.1.3.2 による。 

高電力固定抵抗器は，次の場合，構造的に類似している抵抗器とする。 

a) 一つ又は複数の製造拠点で製造されている場合 

－ 製品技術が同じ 

－ 原材料・製造及び品質検査の手順が同じ 

－ 製造及び品質の管理が主要な製造拠点と同じ 

複数の製造拠点がある場合には，製造業者は主要製造拠点及び関連する管理責任者（DMR）を指名する。 

b) 全ての製造サイトが同じ IECQ 認証機関（IECQ CB）によって管理されている場合，主要な製造拠点

があるその国の IECQ CB であることが望ましい。 

c) 抵抗器が安定性クラス及び気候区分が同じ場合 

d) 抵抗器が寸法だけが異なる場合 
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e) 抵抗器が同一の端子構造をもつ場合 

c)の項目だけが異なる抵抗器は，安定性クラス及び／又は耐候性カテゴリの異なる要求事項が最終測定

で別々に判断されれば，構造的に類似した抵抗器とみなすことが可能である。 

構造的類似性の概念は，水準 R に分類される抵抗器に対してだけ採用することが可能で，故障率の評価

及び決定の目的では，JIS C 5201-1:2021 の附属書 R による。 

9.2.3 評価水準 EZ 

JIS C 5201-1:2021 の Q.1.3.3 による。 

この品種別仕様を参照する個別規格の品質評価には，評価水準 EZ を適用する。 

9.3 検査ロットの校正 

検査ロットは，同じ製品技術及び同じ形状の抵抗器で構成とする。 

供試品は，認証を得ようとする抵抗器の全ての抵抗値範囲を代表し，次の構成とする。 

－ 1/3 が，その範囲内で最小抵抗値 Rmin， 

Rmin から 2×Rmin の範囲で採取 

又は認証範囲内で製造された最小抵抗値 

－ 1/3 が，臨界抵抗値 Rcrit 

0.8×Rcrit から Rcrit の範囲から採取 

－ 1/3 が，その範囲内で最大抵抗値 Rmax， 

0.7×Rmax から Rmax の範囲で採取 

又は認証範囲内で製造された最大抵抗値 

認証範囲は，個別規格に規定する範囲の一部でも可能である。臨界抵抗値が認証範囲外にある場合，抵

抗値範囲の中央値（最小と最大との抵抗値の幾何平均値の近くにある抵抗値。例えば，1 Ω～1 MΩの場

合，1 kΩをいう。）の抵抗値で代用する。 

複数の抵抗温度係数（TCR）の承認を求めている場合，サンプルには異なる TCR を代表する供試品を含

める。一般的に，TCR の小さいものは，TCR の大きいものを代表するとみなす。同様の方法で，認証を得

ようとするうちの異なる抵抗値の中で，最も狭い許容値をもつものを含める。異なる特性をもつ供試品は，

IECQ 認証機関の承認が必要となる。 

定期的な品質確認検査の要求がある場合には，検査ロットは，その期間中に作った抵抗値範囲の上限及

び下限を代表することが望ましい。その期間に製造した，外形寸法が同じであって，TCR が異なる抵抗器

は，TCR の試験が含まれている副群を除き，一緒に試験することが可能である。 

品質認証を受けた抵抗器は，IECQ 認証機関が承認した認証期間中に低抵抗値，高抵抗値及び臨界抵抗

値の試料を検査しなければならない。 

供試品は，検査期間の最後の 13 週間にわたって採取される。 
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9.4 部品承認 (IECQ AC) 手順 

JIS C 5201-1:2021 の Q.2 の規定を適用する。 

9.5 品質認証（QA）の手順 

9.5.1 一般 

品質認証試験の手順は，JIS C 5201-1:2021 の Q.3 による。 

この規格で補っている様々な製品技術は，異なる特定の応力を受ける供試品の性能を評価するために，

異なる試験条件を必要とする。そのため，次の試験計画を準備する。 

– 電力固定抵抗器の場合 

• 資格認定の表 9 

• 品質適合性検査の表 10 

– 異なるブランク個別規格（BDS）では，抵抗器技術ごとに異なる試験条件を考慮する必要がある。 

サンプルは 9.3 に従って設定する。 

抵抗ごとに一つの予備の供試品と各温度係数ごとに一つの予備の供試品とを用いて，メーカーに起因し

ない事例のために欠陥のある供試品を交換することが可能である。 

取付けた供試品について，取付後に不具合が見つかった供試品は，続く試験で，品質認証試験での許容

不適合数に含めてはならない。それらは，予備試料に置き換える。 

9.5.2 品質認証 

必要な総供試品数は，破壊試験と認定された表 9 の資格認定試験計画の全供試品数の合計である。破壊

的試験を伴う追加の群が資格認定試験計画に導入された場合，総供試品数は，追加する群に要求する供試

品数だけ追加する。 

抵抗器の認定試験計画を表 9 に示す。試験計画は，個々の試験の適用可能性の助言を提供するものであ

り，個別規格によって与えられる標準的な詳細試験計画に適用される。各群の試験は，与えられた順序で

実施する。 

群 4 に必要な供試品を除く供試品の全体は，群 1 及び群 2 の試験を受けた後，他の試験グループに割り

当てられる。群 1 又は群 2 の試験中に不適合と判明した供試品は，他の試験群に用いてはならない。 

70 °C での耐久性又は室温での耐久性及び表 9 の他の全ての試験が 1 000 時間に渡って成功した後に，資

格認定が与えられる。 

9.5.3 品質適合性検査 

抵抗器の品質適合性検査のロットごと及び定期試験計画を表 10 に示す。 

これらの試験計画は，個々の試験の適用可能性に関する助言を提供するものであり，これは個別規格に

よって示される標準的な詳細試験計画に適用される。試験条件及び要求事項は，資格認定計画の各試験に

ついて定められたものと同じでなければならない。各群の試験は記載の順序で実施する。 

9.6 能力認定 (IECQ AC-C) の手順 
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JIS C 5201-1:2021 の Q.4 は，この規格では取り扱わない。 

9.7 技術認証 (IECQ-AC-TC) の手順 

JIS C 5201-1:2021 の Q.5 の規定を適用し，表 9 及び表 10 の試験計画を用いる。 

9.8 端子めっきの定期的評価 

製造業者は，抵抗器の端子めっきの特性を定期的に評価するためのシステムを確立しなければならない。

これらの評価での重要な観点は，はんだ付け可能な表面仕上げ部のウイスカが成長する傾向である。 

そのような評価システムは，JIS C 5201-1:2021 の 10.7 で提案されているように，ウイスカの傾向の評価

に適切な試験方法に可能であれば JIS C 60068-2-82 の試験方法を採用することが望ましい。 

9.9 長期保管後の出荷 

JIS C 5201-1:2021 の Q.1.8 の規定を適用する。ただし，検査水準は S-2 に緩和する。 

9.10 認証試験記録 

JIS C 5201-1:2021 の Q.1.6 に基づく認証試験記録は，製造業者と顧客との間で合意がある場合，提供す

ることが可能となる。 

9.11 適合証明書（CoC） 

抵抗器が品質保証システム（例：CECC の後継である IECQ）の認証機関によってこの規格に適合して

いる場合，関連する規格に従って包装に表示で適合を宣言する。 

認定した製品は，包装への表示以外の追加の適合証明書（CoC）の必要はない。 
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表 9－高電力抵抗器の品質認証試験計画 

試験項目  a) 試験条件  b) 
Dc)

又は
ND 

n c)  c c) 要求性能  

群 1      
6.1 抵抗値 d) 5.3.1 による。  ND 100% 0 JIS C 5201-1:2021， 

6.1.4 による。  

群 2      
9.1 外観検査 d) 5.3.10 による。  

表示は，7.1 による。 
ND ... 0 6.5.1 及び個別規格の

規定による。  

9.2 寸法（ゲージ法）
d) e) 

5.3.11 による。  （供試品

の ...個）  
個別規格の規定によ

る。  

群 3      
12.1 絶縁抵抗  
（絶縁形抵抗器だけに

適用する）  

5.3.25 による。  ND ... 0 

6.7 による。  

12.2 耐電圧  
（絶縁形抵抗器だけに

適用する）  

5.3.26 による。  
Utest＝ ...×Uins 
tload＝ ... s 

 
JIS C 5201-1:2021，
12.2.5 による。 

8.1 短時間過負荷  5.3.7.1 又は 5.3.7.2 による。  
Utest＝ ...V 
Utest max＝ ...V によって制限

される  

形式 t load 

... ... 

... ... 

外観検査  
抵抗値  

D （供試品

の ...個）  

6.5.2 による。  
6.2 及び個別規格の規

定による。  

群 4 f)     
11.1 はんだ付け性  
（鉛フリーはんだ合

金）  
 

5.3.22 による。  
エージング :.... 
試験方法：はんだ槽法  
はんだ合金：  
θbath＝ ...°C 
timm＝ ... s 

外観検査  

D （供試品

の半分）  
0 

6.6 による。  

11.1 はんだ付け性  
（すず鉛はんだ合金）  

5.3.23 による。  
エージング :.... 
試験方法：はんだ槽法  
はんだ合金： ... 
θbath＝ ...°C， t imm＝ ... s 

外観検査  

（供試品

の半分）  

6.6 による。  

群 5     
6.2 TCR 
（抵抗温度係数）  

5.3.2 による。  
θ＝（20 °C，LCC，20 °C）  
αLCT 
θ＝（20 °C，UCT，20 °C）  
αUCT 

D ... 0 6.3 又は個別規格の規

定による。  
6.3 又は個別規格の規

定による。  
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試験項目  a) 試験条件  b) 
Dc)

又は

ND 
n c)  c c) 要求性能  

群 6     
9.5 電極強度  5.3.14 による。  

外観検査  
抵抗値  

D （供試品

の半分）  
0  

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規

定による。  
9.4 抵抗体強度  5.3.13 による。  

外観検査  
抵抗値  
 

 
6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規

定による。  

10.1 温度急変  5.3.18 による。  
θA＝LCT，θB＝UCT，  
n＝5 
外観検査  
抵抗値  
 

（供試品

の半分）  

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規

定による。  

9.10 衝撃（又はバン

プ）  
 
 
 
（巻線抵抗だけ）  

5.3.15 又は 5.3.16 による。  
加速度： .... gn 

パルス波形： t＝ ... ms 
半正弦  
合計 18 回の衝撃  
外観検査  
抵抗値  

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規

定による。  

9.11 振動  5.3.17 による。  
掃引による耐久性 : 
周波数： f 1＝ ... Hz，  
f 2＝ ... Hz 
各軸の掃引サイクル数：  
数：n＝ ... 
振幅：a＝ ... m/s 2，Δr=... 
mm で制限する。  
電気的連続性  
 
 
外観検査  
抵抗値  
 

JIS C 5201-1:2021，
9.11.7.1 による。  
 
6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規

定による。  
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試験項目  a) 試験条件  b) 
Dc)

又は

ND 
n c)  c c) 要求性能  

10.3 一連耐候性  5.3.20 による。   （全ての

供試品）  
 

 
6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規

定による。  
6.7 による。  

 – 高温  温度：θ＝UCT 
時間： texp＝16 h 

 – 温湿度サイク

ル，最初のサイ

クル  

1 サイクル  
温度：θsup=55°C 

 – 低温  温度：θ=LCT 
時間： texp＝2 h 

 – 減圧  気圧：pamb=... kPa，  
温度： texp＝1 h 

 – 温湿度サイク

ル，追加のサイ

クル数  

サイクル数：n 
温度：θsup＝55 °C 

 – 直流負荷  電圧：𝑈test = ඥ𝑃 ⋅ 𝑅，  
制限付き，U test max＝Umax 1 
min 

 – 最終測定  外観検査  
抵抗値  
 
絶縁抵抗  h) 

群 7     
7.2 室温での耐久性  

代替 : 
7.1 [事前試験

4.25.1] 
70 °C での耐久性  

5.3.4 又は 5.3.5 による  
電圧：𝑈test = ඥ𝑃 ⋅ 𝑅によ

って制限される𝑈test max =𝑈max 
印加時間： ton＝1.5 h 
停止時間： toff＝0.5 h 
試験時間： tlood=1 000 h 
外観検査  
抵抗値  
 
絶縁抵抗  

D ... 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規

定による。  
6.7 による。  

7.2.9 又は 7.1.9 
RT 又は 70°C で

の耐久性  
（水準 P 又は水準 R
の抵抗器だけに適用す

る。）  

5.3.4 又は 5.3.5 による。  
試験時間： tload＝8 000 h 
 
抵抗値  

 

6.2 又は個別規格の規

定による。  

群 8     
10.4 高温高湿（定

常）  
 

5.3.21 による。  
温度：40 °C，  
相対湿度：93 % 
texp＝ ... 
バイアス電圧の有無  
外観検査  
抵抗値  
 
絶縁抵抗  

D ... 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規

定による。  
6.7 による。  
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試験項目  a) 試験条件  b) 
Dc)

又は

ND 
n c)  c c) 要求性能  

群 9     
11.2 はんだ耐熱性  
 
 
 
 
（該当する場合）  

5.3.23 による。  
はんだ槽法  
温度：θbath＝ ...°C 
浸漬時間： timm＝ ... s 
外観検査  
 
抵抗値  

D ... 0 

6.5.2 による。  
 
6.2 又は個別規格の規

定による。  

12.4 受動燃焼性  
（水準 P 又は水準 R
の抵抗器だけに適用す

る。）  

5.4.8 による。  
接炎時間： ta=... s 

（供試品

の ...個）  

6.8 による。  

群 10     
9.3 寸法（詳細）  5.3.12 による。  D ... 0 個別規格の規定によ

る。  
 

7.3 カテゴリ上限温度

での耐久性 

5.3.6 による。  
温度：θamb＝UCT 
試験時間： texp＝1 000 h 
電力：Pcat＝ W 
印加時間： ton＝1.5 h 
停止時間： toff＝0.5 h 
 
外観検査  
抵抗値  
 
絶縁抵抗  h) 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規

定による。  
6.7 による。  

6.7 温度上昇  
（臨界抵抗値以下の抵

抗器に適用する。

Rn<Rcrit の場合）  

5.3.3 による。  𝑈test = ඥ𝑃 ⋅ 𝑅 
温度上昇。  

（供試品

の ...個）  
6.5 又は個別規格の規

定による。  

群 11     
8.5 静電気放電  

 
 
 
 
 
（水準 P 又は水準 R の

抵抗器に適用する） 
（巻線抵抗器に適用す

る） 

5.4.3 による。  

形式  UHBM 

... ... 

... ... 
npos＝ ...，nneg=... 
外観検査  
 
抵抗値  

D ... 0 

6.5.2 による。  
 
6.2 又は個別規格の規

定による。  

11.3 耐溶剤性  
 
 
（THT 形に適用す

る）  

5.3.25 による。  
温度：θbath＝ ..°C 
溶媒：  
浸せき時間： timm＝ ... s 
ラビングの材質 :... 
外観検査  6.5.2 による。  
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試験項目  a) 試験条件  b) 
Dc)

又は

ND 
n c)  c c) 要求性能  

11.3 表示の耐溶剤性  
 

（非 THT 形だけ適用

する）  

5.3.25 による。  
 
溶媒： :... 
ラビングの材質 :...。  
 
外観検査  

   

6.5.2 による。  
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試験項目  a) 試験条件  b) 
Dc)

又は

ND 
n c)  c c) 要求性能  

群 12     
8.3 周期的パルス高

電圧過負荷試験  
 
 
 
 
（水準 P 又は水準 R の

抵抗器に適用する。） 

5.4.2 の代わりに 5.3.9 によ

る。  
Utest＝ ...V 
tpulse＝ ..μ 
fpulse＝ ... Hz 
ttest＝ ... h 
外観検査  
 
抵抗値  
 

D ... 0 

6.5.2 による。  
 
6.2 又は個別規格の規

定による。  

群 13     
10.1 温度急変，100

サイクル以上  
 
 
 
 
 
（水準 P 又は水準 R の

抵抗器に適用する。） 

5.3.18 による。  
θA＝LCT，TB＝UCT 

形式  n 

... ... 

... ... 

... ... 
外観検査  
 
抵抗値  
 

D ... 0 

6.5.2 による。  
 
6.2 又は個別規格の規

定による。  

群 14     
8.2 単パルス高電圧

過負荷試験  
 

（水準 P 又は水準 R の

抵抗器に適用する。） 

5.3.8 による。  
パルス波形： ... 
Utest＝ ...，n＝ ...， f≦ ... 
外観検査  
 
抵抗値  
 

D ... 0 

6.5.2 による。  
 
6.2 又は個別規格の規

定による。  
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試験項目  a) 試験条件  b) 
Dc)

又は

ND 
n c)  c c) 要求性能  

注 a) 箇条番号は，JIS C 5201-1:2021 による。対応国際規格では，旧規格の箇条番号を併記しているが，この

規格では削除した。 
注 b) ここに規定した試験条件は，最も関係の深いパラメータによって適切な試験の概要を示すためのもので

あり，より詳細を規定したこの規格の関連する箇条，又は引用規格よりも優先するものではない。 
注 c) 文字記号及び略語は，附属書 A による。 
注 d) この試験は，製造工程中の 100 %試験によって不適合品目を除去した後に実施する。ロットが受け入れ

られたかどうかにかかわらず，出荷品質水準を監視するために，サンプリング検査に用いる全てのサン

プルを検査する。サンプリング水準は，可能である場合 IEC 61193-2:2007 の附属書 A によって，製造

業者が規定する。 
    一つ以上の不適合品目がサンプル中に発生した場合，このロットは不合格とするが，全ての不適合品

目を品質水準の評価にカウントする。統計的に検証された品質限度（SVQL）は，IEC 61193-2:2007 の

6.2 の方法によって検査データを蓄積して計算する。 
注 e) 試験は，寸法の制限を超える部分を避けるために，製造業者が寸法測定やその他のメカニズムに SPC を

設置する場合に，実稼働試験に置き換えることが可能である。 
注 f) 試験に提出された抵抗器は，群 1，群 2 及び群 3 で測定されないものとし，群 1 又は群 2 の供試品の数

に含まれない。 
注 g) 試験は，関連する個別規格が，ここで適用する抵抗器と，この試験で表されるはんだ付け工程との互換

性を明示的に除外している場合には適用されない。5.3.22 による。 
注 h) この測定は絶縁抵抗器にだけ適用する。 
注 i) 一つ以上の不適合項目が得られた場合は，副群の全ての試験を繰り返す。繰返し試験では不適合項目は

認められない。製品の再投入は繰り返し試験中も継続可能である。 
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表 10－高電力抵抗器の品質確認試験の試験計画 

ロットごとの試験  

試験項目  a) 試験条件  b) 
Dc)

又は
ND 

ILc) c c) 要求性能  

群 A1     

6.1 抵抗値  5.3.1 による。  ND 
100% 

 
JIS C 5201-1:2021 の

6.1.4 による。  

群 A2     

9.1 外観検査  5.3.10 による。  
表示は，7.1 による。 

ND S-4 0  
6.5.1 又は個別規格

の規定による。  

9.2 寸法（ゲージ法）
e) 

5.3.11 による。   個別規格の規定に

よる。  

群 B1     

12.2 耐電圧  
 

（絶縁形抵抗器だけに

適用する）  

5.3.26 による。  
Utest＝ ...×Uins 
tload＝ ... s 

ND S-3 0 

JIS C 5201-1:2021 の

12.2.5 による。  

8.1 短時間過負荷  5.3.7.1 又は 5.3.7.2 によ

る。  
Utest＝ ...V 
Utest max＝ ...V によって制限

される  

形式  t load 
... ... 
... ... 

外観検査  
 
抵抗値  
 

D  

6.5.2 による。  
 
6.2 及び個別規格の

規定による。  

群 B2 f)     

11.1 はんだ付け性  
（鉛フリーはんだ合

金）g) 
 

5.3.22 による。  
エージング :.... 
試験方法：はんだ槽法  
はんだ合金：  
槽温度：θbath＝ ...°C 
時間： timm＝ ... s 

外観検査  

D S-3 
 

0 

6.6 による。  

11.1 はんだ付け性  
（すず鉛はんだ合金）

g) 
 

5.3.23 による。  
エージング :.... 
試験方法：はんだ槽法  
はんだ合金：  
槽温度：θbath＝ ...°C 
浸せき時間： timm＝ ... s 

外観検査  

S-3 

6.6 による。  

群 B3     
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6.2 TCR 
 
（TCR|α|≦50×10−6/K の

抵抗器に適用する） 

5.3.2 による。  
θ＝（20 °C，LCC，20 °C）  
αLCT 
θ＝（20 °C，UCT，20 °C）  
αUCT 

D S-3 0 6.3 又は個別規格の

規定による。  
6.3 又は個別規格の

規定による。  

定期試験  

試験項目  a) 試験条件  b) 
Dc)

又は

ND 
p c) n c) c c) 要求性能  

群 C1 i)     

  D 3 20 0  

9.5 電極強度  5.3.14 による。  
外観検査  
抵抗値  
 

（供試

品の半

分）  
6.5.2 による。  
6.2 及び個別規格の

規定による。  

9.4 抵抗体強度  5.3.13 による。  
外観検査  
抵抗値  
 

 
6.5.2 による。  
6.2 及び個別規格の

規定による。  

10.1 温度急変  5.3.18 による。  
θA＝LCT，θB＝UCT，  
n＝5 
外観検査  
抵抗値  
 

（供試

品の半

分）  
6.5.2 による。  
6.2 及び個別規格の

規定による。  

9.10 衝撃（又はバン

プ）  
 
 
 
 
 
 
（巻線抵抗だけ）  

5.3.15 又は 5.3.16 による。  
...... gn 

t＝ ... ms 
半正弦  
合計 18 回の衝撃  
 
外観検査  
 
抵抗値  
 

6.5.2 による。  
 
6.2 及び個別規格の

規定による。  

9.11 振動  5.3.17 による。  
掃引による耐久性 : 
周波数： f 1＝ ... Hz， f 2＝ ... 
Hz 
各軸の掃引サイクル数：  
n＝ ... 
加速度：a＝ ... m/s 2，Δr=... 
mm で制限する。  
電気的連続性  
 
外観検査  
抵抗値  
 

JIS C 5201-1:2021
の 9.11.7.1 による。  
 
6.5.2 による。  
 
6.2 及び個別規格の

規定による。  
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試験項目  a) 試験条件  b) 
Dc)

又は
ND 

p c) n c) c c) 要求性能  

10.3 一連耐候性  5.3.20 による。    （全て

の供試

品）  

  
 – 高温  θ＝UCT， texp＝16 h  
 – 温湿度サイク

ル，最初のサイ

クル  

1 サイクル θsup=55°C 

 
 – 低温  θ＝LCT， texp＝2 h  
 – 減圧  pamb=... kPa， texp＝1 h  
 – 温湿度サイク

ル，追加のサイ

クル数  

サイクル数：n 
θsup＝55 °C 

 
 – 直流負荷  𝑈test = ඥ𝑃 ⋅ 𝑅，制限付

き，Utest max＝Umax 1 min  
 – 最終測定  外観検査  

 
抵抗値  
 
絶縁抵抗  h) 

   

6.5.2 による。  
 
6.2 及び個別規格の

規定による。  
6.7 による。  

群 C2 i)     

7.2 室温での耐久性  
代替 : 
7.1 70 °C での耐

久性  

5.3.4 又は 5.3.5 による。  𝑈test = ඥ𝑃 ⋅ 𝑅によって制

限される𝑈test max = 𝑈max 
ton＝1.5 h， toff＝0.5 h，  
tlood=1 000 h 
外観検査。  
抵抗値  
 
絶縁抵抗 h) 

D 3 20 0 

6.5.2 による。  
 
6.2 及び個別規格の

規定による。  
6.7 による。  

7.1.9 又は 7.2.9 
RT 又は 70°C で

の耐久性  
 
（水準 P 又は水準 R
の抵抗器だけに適用す

る。）  

5.3.4 又は 5.3.5 による。  
拡張期間：  
tload＝8 000 h 
 
 
抵抗値  
 

12 

6.2 及び個別規格の

規定による。  

群 C3 i)     

11.2 はんだ耐熱性  
 
 
 
 
（適用する場合）  

5.3.23 による。  
はんだ槽法  
槽温度：θbath＝ ...°C，  
浸せき時間 timm＝ ... s 
 
外観検査  
抵抗値  
 

D 3 20 0  
 
 
 
 
6.5.2 による。  
6.2 及び個別規格の

規定による。  

12.4 受動燃焼性  5.4.8 による。  
燃焼時間： ta=... s。  
 

36 （供試

品 5
個）  6.8 による。  

群 D1 i)     
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6.2 TCR 
 
（TCR|α|>50×10−6/K
の抵抗器だけに適用す

る）  

5.3.2 による。  
θ＝（20 °C，LCC，20 °C）  
αLCT 
θ＝（20 °C，UCT，20 °C）  
αUCT 
 

D 12 20 0 6.4 及び個別規格の

規定による。  
 
6.4 及び個別規格の

規定による。  
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試験 a) 試験条件  b) 
D c)

又は
ND 

p c) n c) c c) 要求性能  

群 D2 i)     

10.4 高温高湿  
（定常）  

5.3.21 による。  
θ=...°C RH=...% 
温度： °C，  
相対湿度：  % 
 
texp＝ ... 
 
外観検査  
抵抗値  
 
絶縁抵抗  

D 12 20 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の

規定による。  
6.7 による。  

群 D3 i)     

9.3 寸法（詳細）  5.3.12 による。  D 36 20 0 個別規格の規定に

よる。  

7.3 カテゴリ上限温度

での耐久性  
 
 

5.3.6 による。  
θamb＝UCT 
texp=1 000 h 
Pcat= W 
外観検査  
 
抵抗値  
 
絶縁抵抗  

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の

規定による。  
6.7 による。  

6.7 温度上昇  
（臨界抵抗値以下の抵

抗器に適用する。

Rn<Rcrit の場合）  

5.3.3 による。  𝑈test = ඥ𝑃 ⋅ 𝑅 
温度上昇  

（供試

品の 6
個）  

6.5 による。  

群 E i)     

8.5 静電気放電  
 

 
 
 
 
（巻線抵抗器に適用） 

5.4.3 による。  

形式  UHBM 

... ... 

... ... 
npos＝ ...，nneg=... 
外観検査  
抵抗値  

D 12 20 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の

規定による。  

11.3 耐溶剤性  
 
 
（THT 形に適用）  

5.3.25 による。  
温度：θbath＝ ..°C 
溶媒：  
浸せき時間： timm＝ ... s 
ラビングの材質： ... 
外観検査  

（供試

品の半

分）  

6.5.2 による。  

11.3 表示の耐溶剤性  
 

（非 THT 形だけ適用

する）  

5.3.25 による。  
 
溶媒： :... 
ラビングの材質： ... 
 
外観検査  

  （供試

品の半

分）  

 

6.5.2 による。  
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試験  試験条件  b) 
DC
又は
ND 

PC nc cc 要求性能  

群 F i)     

10.1 温度急変  
  100 サイクル以上  
 
（水準 P 又は水準 R に

分類される抵抗器だ

け） 

5.3.18 による。  
θA＝LCT，θB＝UCT 

形式  n 

... ... 

... ... 

... ... 
 

D 36 20 0 

 

外観検査  
抵抗値  

6.5.2 による。  
6.2 及び個別規格の

規定による。  

群 G     

8.2 単パルス高電圧過

負荷試験  
 

（水準 P 又は水準 R の

抵抗器に適用する。） 

5.3.8 による。  
パルス波形： ... 
電圧：Utest＝ ... 
繰返し数 n＝ ... 
1 分間当たりのパルス数： 
f≦ ... 
 
外観検査  
抵抗値  
 

D 12 20 0 

6.5.2 による。  
6.2 及び個別規格の

規定による。  

注 a) 箇条番号は JIS C 5201-1:2021 による。対応国際規格では，旧規格の箇条番号を併記しているが，この規

格では削除した。 
注 b) ここに規定した試験条件は，最も関係の深いパラメータによって適切な試験の概要を示すためのもので

あり，より詳細を規定したこの規格の関連する箇条，又は引用規格よりも優先するものではない。 
注 c) 文字記号及び略語は，附属書 A による。 
注 d) この検査は，製造工程中の 100 %試験によって不適合品目を除去した後に実施する。ロットの合否にか

かわらず，出荷品質水準を監視するために，サンプリング検査に用いる全てのサンプルを検査する。サ

ンプリング水準は，可能である場合 JIS C 5005:2010 の附属書 A に従って製造業者によって確立する。 
   サンプルに一つ以上の不適合品目が発生した場合，そのロットは不合格とするが，全ての不適合品目を

品質水準の評価にカウントする。統計的に検証された品質限度（SVQL）は，IEC 61193-2:2007 の 6.2 に

規定する方法に従って検査データを蓄積して計算する。 
注 e) 製造業者が，管理限界を超える部品を取り除くため，寸法測定に統計的工程管理（SPC）又はその他の

仕組みを取り入れる場合は，この試験を工程内検査で置き換えてもよい。 
注 f) この試験に提出された抵抗器は、群 A2 又は群 B1 で測定しない。  
注 g) 個別規格に，その中に含まれる構成要素がこの試験のはんだ付けプロセスへの適合性を明確に除外して

いる場合には適用しない。5.3.22 による。 
注 h) この測定は，絶縁抵抗器にだけ適用する。 
注 i) ある副群で，1 個以上の不適合品が発生した場合には，その副群に含まれている全ての試験を再度実施

する。再検査で不適合がないことを確認する。再試験中，製品の出荷は継続してよい。 
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附属書 A 
（規定） 

記号及び略語 

A.1 文字記号 
α リード端子曲げ角度 ° 
αLCT 基準温度と LCT との間の TCR（コールド TCR） 10−6/K 

αUCT 基準温度と UCT との間の TCR（ホット TCR） 10−6/K 

θ 
温度（摂氏温度）  

注記 1 この規格で考慮される温度の大部分は，IEC 60027-1 及び ISO 
80000-5 に従って，摂氏温度として設定されており，℃で表される。

例えば，周囲温度，定格温度，カテゴリ温度，熱試験条件，プロセ

ス条件，温度基準などである。これらの温度の大部分は特定の熱力

学的関連性をもたない。 

°C 

θinf 例えば，試験サイクルなどの下限温度 °C 

θsup 例えば，試験サイクルなどの上限温度 °C 

θamb 周囲温度 °C 

θbath 耐溶剤性，はんだ槽法試験などの液体浴の温度 °C 

θmax 最高温度，最大素子温度 °C 

θr 定格温度 °C 

Δθ 温度上昇 K 
Δθmax 最大許容温度上昇 K 
a 許容偏差値の絶対値部分 Ω 
a SMD ランドパターンにおけるはんだランドの長さ（直交軸に沿った長さ） mm 
a 例えば，振動試験の加速度 m/s 2 
b 試験基板又は PCB の孔径 mm 
b SMD ランドパターンにおけるはんだランドの幅（横方向） mm 
Bmax リード線弓の最大高さ mm 
c 合格基準 （不適合項目の許容数） 1 
c リード端子の保護塗装樹脂のはみ出し寸法 mm 
C 試験基板又はプリント基板上の導体の幅 mm 
d リード端子の直径 mm 
d 例えば振動試験の変位 mm 
D 抵抗本体の直径 mm 
Dmax 抵抗本体の最大径，許容公差使用時 mm 
e 実際のリード端子の偏心，抵抗器本体に対するリードの偏り mm 
e' 有効リード端子偏心量，リード端子と許容抵抗体径との偏り mm 
f 試験負荷の周波数又は繰り返し率 Hz min-1 
fpulse パルス負荷の周波数 Hz 
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f 1 例えば，振動試験の掃引範囲の下限周波数 Hz 
f 2 例えば，振動試験の掃引範囲の下限周波数 Hz 
F Z 字形に曲げたリード線端子底面部の横方向の長さ mm 
Fp 引張力 N 
g SMD ランドパターンのはんだランド間の距離 mm 
G 試験基板又はプリント基板上の端子間距離で，抵抗器の直軸に沿ったもの mm 
G Z 字形に曲げたリード線端子抵抗器全体の長さ mm 
h プリント基板表面からの部品実装高さ，クリアランス mm 
H 抵抗器の底面からキャリアテープの送り穴中心線までの距離 mm 
H 実装面からの抵抗体の全高 mm 
H0 リード線端子を成形した抵抗器の取付け面と送り穴の中心線との距離 mm 

H1 曲げたリード線を含む成形した抵抗器の上面と送り穴の中心線との距離 mm 

Imax 最大許容電流値 A 
Itest 試験電流値 A 
Îtest パルス印加試験でのピーク電流値 A 
l リード線の長さ mm 
Δl 縦方向変位 mm 
lmin リード線長さの最小値 mm 
lf min テープ包装で覆われない成形したリード線の最小開放長さ mm 
lmeas 抵抗体から測定ポイントまでの距離 mm 
L 抵抗体の長さ mm 
Lc 保護塗装樹脂のはみ出しを含む抵抗体長さ mm 

m 質量 mg 
M 定義された領域の限界と外側の格子位置間のマージン mm 
n 供試品数量 1 
n 試験サイクル数 1 
n 任意の数値及び位置 1 
npos 人体モデル静電気放電試験での正極性放電数 1 

nneg 人体モデル静電気放電試験での負極性放電数 1 
p 試験周期 月 

p 試験基板又はプリント配線板の下にあるリード線の突き出し mm 
p 許容公差の相対的部分（百分率） 1 
Pamb 試験の雰囲気条件としての大気圧 kPa 
P 抵抗器の軸に対して垂直方向の試験基板又は試験架台のピッチ， 

格子間隔 
mm 

ΔP 横変位，ピッチ誤差 mm 
P キャリアテープ内の製品のピッチ mm 
P 放熱 W 
P0 キャリアテープ中の送り穴のピッチ mm 
P1 キャリアテープの製品収納部のピッチ mm 
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P70 周囲温度 70 °C における定格電力 W 
Pr 定格電力 W 
Pcategory 試験で MET に到達するための追加電力 

（5.3.6 の試験と電力軽減曲線による。） 
W 

Ptest 試験での印加電力 W 
r リード線の曲げ内側半径 mm 
Δr 変位，例えば，振動試験での変位 mm 
R 実測抵抗値 Ω 
Rcrit 臨界抵抗値 𝑅crit = 𝑈maxଶ 𝑃⁄   Ω 
Rins 絶縁抵抗値 Ω 
Rmin 与えられた範囲の最低抵抗値 Ω 
Rmax 与えられた範囲の最高抵抗値 Ω 
Rn 公称抵抗値 Ω 
Rrsd 残留抵抗値，0 Ω 抵抗の実抵抗値 Ω 
Rrsd max 最大許容残留抵抗値 Ω 
RH 例えば試験のための大気条件としての相対湿度 % 
ΔR 抵抗値変化 Ω 
ΔR/R 試験前の測定値に対する抵抗値変化 % 
S ラジアル形状にリード線端子を成形した抵抗器の端子間隔 mm 
Δs max 成形リード線の最大開き mm 
ta 受動燃焼性試験のさらし時間 s 
tb 受動燃焼性試験のさらし後の燃焼時間 s 
texp 一連耐候性試験のさらし時間 h 及び d 

timm 耐溶剤性又ははんだ槽試験での浸せき（漬）時間 s 
tload 電気的又は機械的試験での負荷時間 s 
ton 周期的負荷試験での印加時間 s 及び h 

toff 周期的負荷試験での停止時間 s 及び h 

tpulse 矩形波パルスの持続時間 s 
ttest  試験手順又は試験シーケンスの期間 s 及び h 

T 熱力学的温度 

注記 1 この規格では，熱力学的温度を，次の特別な場合にだけ用いる。 

－ 熱雑音の計算は IEC 60195 による 

－ 熱放射は，プランクの熱放射の法則による熱放射の計算をす

る。 

－ 経時変化の評価は，反応速度の温度依存性に関するアレニウ

スの式による。 

K 

u 保護されていないリード線の、抵抗体下端に対するクリアランス mm 
U 電圧 V 
Uins 絶縁電圧 V 
Umax 素子最高電圧，又は最大許容電圧 V 
Ur 定格電圧，𝑈 = ඥ𝑃 ⋅ 𝑅 V 
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Utest 試験電圧 V 
Utest max 最高試験電圧 V 
Ûtest パルス印加試験でのピーク電圧 V 
Ûtest max パルス印加試験でのピーク電圧の上限値 V 
W キャリアテープ幅 mm 
x 負荷率 1 
y 負荷率 1 

A.2 略称 
AC 交流，近似正弦波形の電圧又は電流 
C 炭素皮膜技術（形式指定の文字） 
CA 能力認証，部品認証計画 
CA_ アキシャルリードセラミック収納高電力抵抗器の形式指定接頭辞 
CR_ ラジアルリードセラミック収納高電力抵抗器の形式指定接頭辞 
CV_ 垂直リードセラミック収納高電力抵抗器の形式指定接頭辞 
CAS 米国化学会の Chemical Abstracts Service（化学文献抄録誌） 
CB 認証機関 
CoC 適合証明書 
D 破壊試験 
DC 直流，非交流電圧又は電流 
DMR 指定管理責任者（品質制度管理者） 
ESD 静電気放電 
G メタルグレーズ技術（形式指定の文字） 
HBM 人体モデル，ESD 試験において人体の静電容量と抵抗器とによって測定する方法 
IECQ IEC 電子部品品質認証制度 
IECQ AC IECQ 部品認証計画-部品認証 
IECQ CB IECQ 認証機関 
IL 検査水準 
IPA イソプロピルアルコール（CAS 登録番号:67-63-0） 
IUPAC 国際純正・応用化学連合（International Union of Pure and Applied Chemistry） 
L アキシャルリード線皮膜抵抗器の形式，抵抗本体が横向きに形成されてラジアル形にな

る場合 
LCT カテゴリ下限温度 
M 金属皮膜技術（形式指定の文字） 
MET 抵抗素子の最高温度 
ND 

非破壊試験 

NSI 国内監督検査機関 

注記 1 IECQ01:2007，IEC 電子部品品質認証制度（IECQ 計画）－基本規則は，

監督検査機関という用語を IECQ 認証団体（IEC CB）に変更した。  

ONS Organisme National de Surveillance（国内監督検査機関） 

注記 1 この用語は，“国内監督検査機関（NSI）”という用語が用いられる以前

に，用いられていた。  

PCB プリント回路基板 
QA 部品認証計画 
RA_ アキシャルリード線皮膜抵抗器（高電力）の形式指定接頭辞語 
RMS 実効的な交流電圧又は電流を指定する平均二乗平方根 
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RTW_ 管状形高電力抵抗器の形式指定接頭辞 
RU 直立姿勢のラジアルリード線皮膜抵抗器の形式 
S メタルストリップ技術 （形式指定の文字） 
SMD 表面実装用デバイス 
SMT 表面実装技術 
SPC 統計的工程管理 
TA 技術認証 
TADD 技術承認申告書 
TAS 技術認証スケジュール 
TC 温度係数（抵抗値に限定しない） 
TCR 抵抗温度係数 
TIM 熱界面材料 
THT スルーホール技術 
U アキシャルリード線皮膜抵抗器の形式，抵抗本体が縦向きに形成されてラジアル形 

になる場合 
UCT カテゴリ上限温度 
VCR 抵抗電圧係数 
W 巻線技術（形式指定の文字） 
X 酸化金属皮膜技術（形式指定の文字） 
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附属書 B 
（規定） 

外観検査合格基準 

B.1 一般事項 

この附属書は，代表的な製品の外観と考えられる不完全性の例を示すために計画されている。 

供試品の写真又は図面は，特に潜在的な影響と不完全性の実証のために選択される。供試品は，この目

的を合うように特別に製造又は加工されている場合もある。 

撮影された供試品又は図面は，特定の製造業者の標準的な成果物又は製品の一般的な品質水準を表すも

のであってはならない。 

B.2 供試品の一般的な外観検査の合格基準 

検討中 

 
 適合 受け入れ可能 不適合 

  

    

 

B.3 端子全般の外観検査の合格基準 

検討中 

B.4 試験後の一般的な外観検査の判定基準 

検討中 
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附属書 C 

（規定） 

高電力抵抗器の組立てに関するワークマンシップ（できばえ） 

C.1 一般事項 

これらの製造上の要求事項は，リード線の形成及び回路基板への抵抗器の取り付けに適用される。ただ

し，回路基板の設計及び製造業者，はんだ合金の選択，はんだ付け工程の実行などの問題には対応してい

ない。 

注記 これらの製造上の要求事項は，JIS C 61191-1 及び JIS C 61191-3 によって示されたはんだ付け実

装の要求事項に基づき，これからの先行する IEC 61192-1:2003 及び IEC 61192-3:2002 並びに IPC 
A- 610 の製造上の推奨事項に基づいている。 

C.2 リード線の加工 

C.2.1 一般事項 

抵抗器のリード線は，組立又は設置の前に，最終クリンチ又は保持曲げを除いた最終形状にあらかじめ

成形しておく。 

リード線は，リード線及び本体の封止を損傷したり劣化させたりしないような方法で成形する。抵抗器

のリード線を作成する場合，抵抗器の本体，内部接続部，及び外部に出るリード線の封止への損傷を防ぐ

ために，全ての曲げ及び成形工具は，リード線に曲げ，引っ張り，せん断又はねじりの力を加える前に，

抵抗器本体に隣接するリード線の部分（リード線封止）をクランプする必要がある。意図的又は非意図的

に突出した被覆材料の“被覆線”（4.2.1.2 参照）又は成形工程で生じたばりがあるリード線では，金形のク

ランプ部には突出した全てのプラスチック材料がないようにしなければならない。図 C.1 による。 

   

a) 抵抗器本体の平らな面から 

リード線端子が出ている  
b) 抵抗器本体の外側に 

リード線端子を溶接  

c) 抵抗器本体の突出部から 

リード端子が出ている  

 

記号説明  

lS：リード線の直線長さ 

d：リード線の公称径 

r：リード線曲げ半径，曲げ内側の測定値 

W：溶接 

B：はんだ又は溶接粒，及び／又は保護塗装のはみ出し 
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図 C.1－リードの加工寸法 

リード線の直線部分 lS は，本体表面，その突出部又ははんだ，溶接部から曲げ半径の開始点まで，次の

ように長さを確保する。 

 lS≧（1×d）  

次によって制限される。  

 lS≧0.8 mm 

曲げ工具のクランプは，必要な固定を実施するために，リード線の直線部分を長くする。 

最小リード曲げ半径 r は表 C.1 に示すように，リードの直径に依存する。 

表 C.1－リードの曲げ半径 

リード線径  リード線曲げの内側半径  

       d  ＜ 0.8 mm 

0.8 mm ≦ d ≦ 1.2 mm 

1.2 mm ＜   d  

r ≧（1.0×d ） 

r ≧（1.5×d ） 

r ≧（2.0×d ）  

 

長方形のリードをもつ抵抗器の場合，直径 d の代わりに曲げ半径 r に平行に測定したリードの厚さ t を
適用する。 

リード線のクランプ及び曲げ加工は，リード線の直径 d の 10 % を超える傷又は変形を生じてはならな

い。また，リード線は繰り返して曲げることによって変形してはならない。リード線材料の露出は，はん

だ付け可能な表面の 5 %以下である場合に許容される。 

C.2.2 取付高さの支持手段 

抵抗器のリード線には，抵抗体本体と回路基板の部品側（一次側）表面との間に要求するクリアランス

を確保するための手段を施すことが可能である。そのような手段の代表的な例として，キンク又はつぶし

加工されたリード線を図 C.2 に示す。 

このような支持手段は，さらに，はんだ接続によって固定されるまで，挿入された抵抗器を回路基板上

の位置に保持する手段としても機能することが可能となる。例えば，リード線を二重にしたり，リード線

を矢じり形にしたりする。 
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a)キンク付きリード線端子  b)ダブルキンク付きリード線端子  c)つぶしリード線端子  

 

記号説明  
b：回路基板穴径  
d：公称リード線径  
tf：リード線つぶし厚さ  
wf ：リード線つぶし幅  

図 C.2－取付け高さ支持の例 

このようなキンク又はつぶし加工の支持性能は孔径 b に依存し，各キンク又はつぶし加工の設計に適し

た仕様が必要となる。 

つぶし加工の場合，抵抗器の取付け位置で必要な機械的強度を維持するために，つぶし最小厚さ t f min を

規定し，遵守する。 

C.3 実装 

C.3.1 一般事項 

抵抗器を回路基板に取り付ける場合，基板は，リード線の端の挿入及びリード線の全周のはんだフィレ

ットの構築をサポートする適切な直径をもつ基板孔を提供する必要がある。基板孔は，内壁に金属加工の

ないもの（アンサポートホール）でもよく，その場合はんだ接続は，リード線と回路基板のはんだ付け側

（二次側）の環状リングとの間にだけ構築される。めっきスルーホール（ビアホール，サポートホール）

は，内壁に金属加工が施されており，リード線と壁との隙間にはんだがはんだ付け側から上がってくるこ

とが可能である。 

特に規定がない限り，表 C.2 に示す穴径を適用する。 

表 C.2－推奨回路基板穴径 

公称リード線径 d 公称穴径 b 

≦0.5 mm 

0.6 mm 

0.7 mm，0.8 mm 

1.0 mm 

1.2 mm 

0.8 mm 

1.0 mm 

1.3 mm 

1.6 mm 

1.8 mm 

注記 穴径は，IEC 60717 に規定された値に適合する。 
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抵抗器は，各リード線の端面又は被覆の端面と，はんだ接続部又は回路基板の上面との間に，目に見え

る隙間 hL を確保するように取り付ける。抵抗器の被覆の端面を削ってはならない。 

  

a) 片面基板への取付け  b) めっきスルーホールされた多層基板への取付け  

 

記号説明  
hL：抵抗器の被覆とはんだ接続部又は回路基板との間のリード線が見える隙間  

図 C.3－被覆及びはんだの隙間 

リード線が見える隙間 hL は，次による。 
hL≧0.3 mm 

C.3.2 横置きの取付け 

注記 横置きは，実際の基板の向きに関係なく，“水平置き”ともいう。 

抵抗器は，回路基板表面と平行に取り付ける（図 C.4 参照）。抵抗器は，表 C.3 に示すように，できる限

り均等な間隔 h で取り付けることが望ましい。 

 

a) 平行な取付け 

 

b) 斜めの取付け  
記号説明  
h ：抵抗器本体と回路基板との隙間  
hmin ：抵抗器本体と回路基板との隙間の最小  
hmax ：抵抗器本体と回路基板との隙間の最大  

図 C.4－横方向の取付け 
 

表 C.3－横置き取付けの回路基板と抵抗器との隙間 
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定格電力 P 70 高さ h 

P 70＜1 W     0 mm≦h≦0.25 mm 

P 70≧1 W 1.5 mm≦h≦2.0 mm 

 

均等な隙間が達成不可能な場合，図 C.3 b) を参照し，表 C.2 に示す制限は，最小隙間 hmin 及び最大隙

間 hmax の双方に適用する。 

これらの要求事項は，C.2.2 及び附属書 F に記載するように，取付け高さ及び姿勢がラジアル加工抵抗

器のリード線の曲げによって決定される場合には適用しない。 

高電圧を扱う回路には，隣接する導体間の最小距離が増加するなど，特別な規定が適用される。抵抗器

本体と回路基板表面との間の最小隙間を大きくすることが必要な場合がある。特に，コネクタの部品側面

が抵抗器本体の下を通るような配線は，抵抗器本体とコネクタの間との電位差が 50 V を超える場合，避け

る必要がある。 

C.3.3 縦置きの取付け 

注記 縦置きは，実際の基板の向きに関係なく，“垂直置き”ともいわれている。 

抵抗器は，回路基板の表面に対して垂直に取り付けることが望ましい（図 C.5 参照）。 

  

a) 垂直取付け b) 斜めの取付け 

 

記号説明  

H：回路基板上の抵抗器の全体高さ 

h：抵抗体と回路基板との隙間 

hL：抵抗器の被覆とはんだ接続部又は回路基板との間のリード線が見える隙間 

β：傾き角，基板上部の直立からのズレ 

図 C.5－縦置きの取付け 

リード線が見える隙間 hL は，C3.1 の要求による。 

定格電力 P70 ≧ 1 W の抵抗器では，隙間 h は表 C.2 に示す要求事項による。 

β の傾き角は次による。 
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 |β|≦15° 

これらの要求事項は，C.2.2 及び附属書 F に規定するように，取付け高さ及び姿勢がラジアル形抵抗器

のリード線曲げによって決定される場合には適用しない。 

リード線は，他の手段（例えばスペーサー）で抵抗器本体下部に必要な自立高さをもち，回路基板穴が

適切に配置されている場合，成形しなくてもよい。 

組み立てられた機器の設計によって，許容される全高 H が制限される場合がある。抵抗器及びその曲げ

られたリード線は，回路基板を挟んだ導電性部品との距離の要求事項に反してはならない 

C.4 リード線の切断 

抵抗器のリード線を切り取る場合に，抵抗器の本体，内部接続部，リード線保護塗装の損傷を防ぐため

に，全ての切り取り工具は，リード線に曲げ，せん断又はねじりの力を加える前に，抵抗器本体に接続す

るリード線部分（リード線封止部）を保持するか，切取りの方向に対して 90°で抵抗器を自由に動かすこ

とが可能なようにする。 

物理的な衝撃によって抵抗器又ははんだ接続部を破損しないように，はんだ付け後にリード線を切断す

ることが可能である。はんだ付け後にリードを切断する場合には，元のはんだ接続部を損傷しないように

適切な手段を講じる。 

 

記号説明 
p：リード線の突出  

図 C.6－リード突出 

突出したリード線は，はんだの中で見える（図 C.6 参照）。片面基板の場合，リード線の最小突出量は，

次による。 

 p≧0.5 mm 

リード線の最大突出量は，次による。  

 p≦2.5 mm 

注記 高性能・高信頼性の電子機器の組立てでは，通常リード線の突出量を p ≤ 1.5 mm と厳しく 

設定している。 
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記号説明 
d：リード線径  
dd：放射状のリードの突出  
ld 軸方向リードの突出  

図 C.7－リード線先端の突出 

シャアリング工程で生じるリード端の歪みは，次の限度を超えてはならない（図 C.7 参照）。 
dd≦（0.5×d） 

ld≦（0.25×d） 

挿入した抵抗器をはんだ付けする前に固定するためにリード線をクリンチする場合，突出量 p は基板表

面に対して垂直に測定されるので，許容される突出量は，まっすぐなリード線の突出の長さよりも長くな

る。クリンチされたリードは，接続導体に沿うようにする。 

リード線の突出は，回路基板上の隣接する未接続の導体又は回路基板を挟んだ導電性部品との距離の要

求条件に反してはならない。 
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附属書 D 

（参考） 

0Ω抵抗器（ジャンパー） 

附属書 D の内容は，意図的に省略しているが，他の品種別通則の附属書順番に合わせるために，附属書

D は残している。 

注記 附属書 D は，0 W 抵抗器用であるが，現在は，高電力抵抗器として用いることは不可能である。 
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附属書 E 
（参考） 

任意試験及び／又は追加試験の適用に関する指針 

E.1 一般事項 

この規格の 5.4 に示される任意試験及び／又は追加試験は，提示されたいずれの試験計画にも含まれて

いない。この附属書は，各試験を試験計画に適切に実施するための推奨事項を示す。 

附属書 E の表の断片の脚注は，表 9 又は表 10 に該当するものとして定義された脚注を参照にする。 

E.2 室温での耐久性 

詳細は，5.3.5 による。  

水準 G に区分された抵抗器は，定格温度 70 ℃での耐久試験を，既定の耐久試験として提示された JIS 
C 5201-1:2021 の 7.2 の試験に置き換えることが可能である。この場合，延長試験は不要である。 
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表 E.1–室温での耐久性の実施  

品質認証試験計画への登録 

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

n c)  c c) 要求性能  

群 7     

7.2 室温での耐久性  5.3.5 による。  𝑈test = ඥ𝑃test ⋅ 𝑅, 
Utest≤Umax によって制限

される。  
印加時間：ton＝1.5 h 
休止時間： toff＝0.5 h 
試験時間： tlood=1 000 h 
外観検査  
抵抗値  
 
絶縁抵抗  f) 

D ... 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  
6.7 による。  

品質認証試験の試験計画 

定期試験 

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

p c) n c)  c c) 要求性能  

群 C2 i)     

7.2 室温での耐久性  5.3.5 による。  

電圧：𝑈test = ඥ𝑃test ⋅ 𝑅, 
Utest≤Umax によって制限

される。  
印加時間：ton＝1.5 h 
休止時間： toff＝0.5 h 
試験時間： tlood=1 000 h 
外観検査  
抵抗値  
 
絶縁抵抗値  h) 

D 3 20 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  
6.7 による。  

 

これは，表 E.1 に示すように，表 9 の群 7 及び表 10 の群 C2 に影響する。提示された表の一部は，それ

ぞれの表に，直接置き換えとして用いることが望ましい。 

高電力抵抗器の場合，室温での耐久性の試験は，JIS C 5201-1:2021 の附属書 R に従った故障率水準

の評価のための適切な基礎となる。  

E.3 単パルス高電圧過負荷試験 

詳細は，5.4.1 による。 
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水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器は、パルス形状 10/700 に基づく厳しさを持つ単パルス高電圧過

負荷試験が採用される。この試験 10/700 に基づく厳しさは，パルス形状 1.2/50 に基づく厳しさに置き換

えることが可能で，この試験の識別関連性を維持するために適切な高過負荷係数 x 及び y を設定する必要

がある。 

表 E.2－単パルス高電圧過負荷試験の実施  

品質認証試験計画への登録 

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

n c)  c c) 要求性能  

群 14     

8.2 単パルス高電圧過負

荷試験 
 
 
（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用する。） 

5.4.1 による。  

パルス形状:1.2/50 

電圧：Ûtest=x×ඥ𝑃70 ×  Rn 

Û test≦y≦Umax 

繰り返し数：n=... 
1 分間当たりのパルス数： 
f≦ ... 
外観検査  
抵抗値  
 

D ... 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  
 

品質認証試験の試験計画 

定期試験  

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

p c) n c)  c c) 要求性能  

群 G i)     

8.2  
単パルス高電圧過負荷試験 
 
（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用する。） 

5.4.1 による。 

パルス波形：1.2/50 

電圧： 

Ûtest= x×ඥ𝑃70 ×  Rn 

Û test≦y≦Umax 

繰り返し数：n=… 

1 分間当たりのパルス数：f
≦… 

外観検査 

抵抗値 

D 12 20 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  

 

これは，表 E.2 に示すように表 9 の群 14 及び表 10 表 10－高電力抵抗器の品質確認試験の試験計画の群

G に影響する。提示された表の一部は，それぞれの表に，直接置き換えとして用いることが望ましい。 

E.4 断続過負荷試験 
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詳細は 5.4.2 による。 

水準 P 及び水準 R に区分される抵抗器は，認証試験計画の中で断続過負荷試験が採用されている。JIS 
C 5201-1:2021 の 8.4 の断続過負荷試験は，リード線端子付き低電力皮膜抵抗器の様々な歴史的個別規格で

採用されてきたが，この試験は現代のアプリケーション性能要件に照らして不十分であると見なされ，そ

のため，JIS C 5201-1:2021 の 8.3 のより厳しい周期的パルス高電圧過負荷試験に置き換えられている。 

過去の試験要件の厳密な継続を必要とする仕様が存在する可能性がある。そのような場合，周期的パル

ス高電圧過負荷試験は，従来の断続過負荷試験に置き換えることが可能である。 

表 E.3–断続過負荷試験の実施 

品質認証試験計画への登録 

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

n c)  c c) 要求性能  

群 12     

8.4 断続過負荷試験  
（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用する。） 

5.4.2 による。  𝑈test = ඥ15 × 𝑃70 × 𝑅, 

電圧は Ûtest≦2×Umax で制

限される。 

印加時間： ton=0.1 s，  
休止時間： toff =2.5 s 
n=1 000。  
外観検査  
抵抗値  
 

D ... 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  

 

これは，表 E.3 に示すように，表 9 の群 12 にだけ影響する。提示された表の断片は，それぞれの表で直

接置き換えて用いることが望ましい。 

E.5 低温動作 

詳細は，5.4.5 による。  

水準 P 又は水準 R に区分される抵抗器では，最近の機器の要求として，低温での動作試験が要求される

ことがあり，これは耐候性手順の単なる低温試験よりも厳しいとみなされる。ただし，長期間にわたって

収集された試験結果の完全性を維持するために，耐候性手順においてこの試験を置き換えることは推奨さ

れない。 

この試験は，供試品に対して破壊試験であると認識されているため，既存の試験群内の他の試験と順次

組み合わせるのには適さない。したがって，例えば，表 9 の群 11 及び表 10 の群 E に最初の試験として統

合することが可能である。 

提案する実施内容の詳細を表 E.4 に示す。提示された表の一部は，それぞれの表の直接の修正として用

いることが望ましい。 
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表 E.4－低温動作の実施 

品質認証試験計画への登録 

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

n c)  c c) 要求性能  

10.2 低温動作  
 
（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用する。） 

5.4.5 による。 

温度：LCT 

電圧：Utest≦Umax で制限さ

れ，次による。 

Utest=ඥ𝑃70 ×  Rn 

外観検査 

抵抗値 

D ... 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  

品質認証試験の試験計画 

定期試験 

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は

ND 

p c) n c)  c c) 要求性能  

10.2 低温動作  
（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用する。） 

5.4.5 による。 

温度：LCT 

電圧：Utest≦Umax で制限さ

れ，次による。 

Utest=ඥ𝑃70 ×  Rn 

外観検査 

抵抗値 

D 12 20 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  

 

この試験の結果の評価は，適切な受入基準を必要とし，この規格の表 7 に記載することが望ましい。こ

の試験の性質は，それを短期試験群に割り当てることが可能である。 

E.6 高温高湿（加速） 

詳細は，5.4.6 による。  

水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器の場合，最近の機器の要求として，高温高湿（85 °C／85 % RH）

が要求されることがあり，これは標準的な高温高湿（加速）（40 °C／93% RH.）よりも厳しいとみなされる。

ただし，経時的に収集された高温高湿試験結果の比較可能性を維持するために，試験計画でこの試験を置

き換えることは推奨されない。 

この試験は，供試品に対して破壊試験であるため，既存の試験群内の他の試験と順次組み合わせるのに

は適さない。したがって，この試験は，各スケジュールに新しい独立した試験群として設定することが望
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ましく，おそらく終了時に修正される。 

提案する実装の詳細を表 E.5 に示す。提示された表の内容は，それぞれの表の直接の修正として用いる

ことが望ましい。したがって，表 E.5 の脚注の参照は，元の表の脚注を指している。 

 

表 E.5－高温高湿（加速）試験の実施 

品質認証試験計画への登録 

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

n c)  c c) 要求性能  

群##     

10.5 
高温高湿（加速） 

（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用する。） 
 

5.4.6 による。 

温度：85 ℃ 

相対湿度：85 % 

電圧：Utest≦100 V で制限さ

れ，次による。 

Utest=0.1×ඥ𝑃70 ×  Rn 

試験時間：1 000 h 

外観検査 

抵抗値 
 
絶縁抵抗 

D ... 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  
6.7 による。 

品質認証試験の試験計画 

定期試験  

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

p c) n c)  c c) 要求性能  

群##     

10.5 高温高湿（加速） 
 
（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用する。） 
 

5.4.6 による。 

温度：85 ℃ 

相対湿度：85 % 

電圧：Utest≦100 V で制限さ

れ，次による。 

Utest=0.1×ඥ𝑃70 ×  Rn 

試験時間：1 000 h 

外観検査 

抵抗値 
 
絶縁抵抗 

D 12 20 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  
6.7 による。 
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この試験の結果の評価は，適切な受入基準を必要とし，それは望ましくはこの規格の表 7 に記載するこ

とが可能である。この試験の性質は，耐候性長期試験群に割り当てることが可能である。 

E.7 偶発過負荷試験 

詳細は，5.4.7 による。 

偶発的な過負荷状況では，高電力抵抗器が表面で非常に高温になる可能性があるため，近くの可燃性物

質への炎の着火部分として機能する可能性があり，過負荷の挙動は特に興味深い。この状況の情報を維持

するために，試験計画にこの試験を追加することを推奨する。 

この試験は，対象となる検体に対して破壊的であると見なされるため，既存の試験グループ内の別の試

験との連続した組合せには適していない。そのため，各スケジュールで新しい独立した試験群として設定

し，最後に修正する必要がある。 

提案された実装の詳細を表 E.6 に示す。提示された表の一部は，それぞれの表の直接の修正として用い

ることが望ましい。 
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表 E.6－偶発的過負荷試験の実施  

品質認証試験計画への登録 

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

n c)  c c) 要求性能  

群##     

12.3 偶発的過負荷試験  
 
 
 
（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用する。） 
 

5.4.7 による。  
 
 
 
 
外観検査  
抵抗値  
 

D ... 0 

6.5.2 による。  
6.9 又は個別規格の規定に

よる。  

品質認証試験の試験計画 

定期試験  

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

p c) n c)  c 
c) 要求性能  

群##     

12.3 偶発的過負荷試験  
 
 
（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用する。） 
 

5.4.7 による。  
 
 
 
 
外観検査  
抵抗値  
 

D 12 20 0 

6.5.2 による。  
6.9 又は個別規格の規定に

よる。  

 

E.8 引火性試験 

詳細は 5.4.8 による。 

セラミック，シリコン，金属などの無機材料で作られていることが多い高電力抵抗器の場合，これらの

材料は全て不燃性であるため，この試験は興味をもたない可能性がある。ただし，この状況の情報を維持

するために，試験計画にこの試験を追加することを推奨する。 

この試験は，対象となる検体に対して破壊的であると見なされるため，既存の試験グループ内の別の試

験との連続した組合せには適していない。そのため，各スケジュールで新しい独立した試験グループとし

て設定し，最後に修正する必要がある。 

提案された実装の詳細を表 E.7 に示す。提示された表の断片は，それぞれの表 9 又は表 10 の直接の修正

として用いることが望ましい。 
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表 E.7－受動燃焼性試験の実施  

品質認証試験計画への登録 

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

n c)  c c) 要求性能  

群##     

12.4 受動燃焼性  
 

5.4.8 による。  
ta=... s。  
燃焼時間  

D （供試

品の）  
0 

6.8 による。  

品質認証試験の試験計画 

定期試験  

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

p c) n c)  c c) 要求性能  

群##     

12.4 可燃性  
 

5.4.8 による。  
ta=... s。  
燃焼時間  

D 36 （供試

品の 5
個）  

0 

6.8 による。  

 

E.9 静電放電試験 (ESD) 

詳細は 5.4.3 による。 

水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器は，最新のアプリケーション性能要件で ESD 試験が必要になる

場合がある。 

この試験は，対象となる供試品に対して破壊的であると見なされるため，既存の試験グループ内の別の

試験との連続した組合せには適していない。そのため，各スケジュールで新しい独立した試験群として設

定し，最後に修正する必要がある。 
提案された実装の詳細を表 E.8 に示す。提示された表の一部は，それぞれの表の直接の修正として用いる

ことが望ましい。 
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表 E.8－静電放電（ESD）試験の実施  

品質認証試験計画への登録 

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

n c)  c c) 要求性能  

群##     

8.5 静電放電  
 

 
 
 
 
 
 
 

5.4.3 による。  

形式  UHBM 

... ... 

... ... 

... ... 

npos=...，nneg=...の場合。  
外観検査  
 
抵抗値  
 

D ... 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  
 

品質認証試験の試験計画 

定期試験  

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は

ND 

p c) n c)  c c) 要求性能  

群##     

8.5 静電放電  
 

5.4.3 による。  

形式  UHBM 

... ... 

... ... 

... ... 

npos=...，nneg=...の場合。  
外観検査  
 
抵抗値  
 

D 12 20 0 

6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  
 

 

E.10  ねじスタッド又はねじ端子の強度 

詳細は 5.4.4 による。 

端子部の種類に基づいて，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器の場合，端子強度（5.3.14）と呼ばれ

る試験は適切でない可能性がある。 

この試験は，対象となる供試品を破壊すると見なされるため，既存の試験群内の別の試験との連続した

組み合わせには適していない。したがって，各スケジュールで新しい独立した試験群として確立する必要

があり，おそらく終了時に修正される。 

提案する実装の詳細を表 E.9 に示す。提示された表の一部は，それぞれの表の直接の修正として用いる
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ことが望ましい。 

表 E.9－試験の端子の実装，ねじスタッド又はねじ端子の試験 

品質認証試験計画への登録 

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は

ND 

n c)  c c) 要求性能  

群##     

9.6 ねじスタッド又はね

じ端子の堅牢性  
5.4.4 による。  
外観検査  
 
抵抗値  
 

D （供試

品の半

分）  

0 
6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  
 

品質認証試験の試験計画 

定期試験  

試験項目  a) 試験条件  b) 

Dc)

又

は
ND 

p c) n c)  c c) 要求性能  

群##     

9.6 ねじスタッド又はね

じ端子の堅牢性  
5.4.4 による。  
外観検査  
 
抵抗値  
 

D 3 （供試

品の半

分）  

0 
6.5.2 による。  
6.2 又は個別規格の規定

による。  
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附属書 F 
（参考） 

ラジアル形状にリード線端子を成形した抵抗器 

 

F.1 一般 

F.1.1 適用範囲 

この附属書は，アキシャルリード線端子付き抵抗器を基に，抵抗器本体外側のリード線を各種のラジア

ル形状に成形した抵抗器について，基本情報及び推奨情報を記載する。 

この附属書は，ラジアル形状にリード線端子を成形した形式の抵抗器の品質評価には適さない。ただし，

ここに示す情報及び推奨情報は，この規格に従って，ラジアル形状にリード線端子を成形した抵抗器に適

したブランク個別規格及び個別規格を作成するために用いてもよい。 

この附属書に示す情報及び推奨情報は，横形又は縦形のラジアル形状に成形した抵抗器に適用する。こ

のようにラジアル成形した抵抗器には，リード線が直線の抵抗器，又は抵抗器の取付高さの保持，若しく

はリード線保持のために必要なリード線形状の抵抗器，さらに，被覆若しくは絶縁したリード線の抵抗器

又は裸リード線の抵抗器がある 

ラジアル形状の抵抗器であっても，リード線又は端子を抵抗体本体の外側で成形していない抵抗器は，

この附属書の適用範囲ではなく，それらはこの規格の本体の規定を適用する。 

F.1.2 ラジアル形状にリード線端子を成形した形式の名称 

F.1.2.1 品質保証の範囲 

リード線端子を成形する工程は，その抵抗器の製造工程において一般的には最終工程であり，このため

一般的な製品出荷検査の前又は後に実施することが可能である。図 F.1 に，通常の品質保証の範囲内と範

囲外，すなわち完成品の正式な出荷の前後のリード線端子を成形する工程の異なる位置付けを示す。 

リード線端子の成型工程は，製品特性及び信頼性に影響する危険性をもっている。ラジアル形状への成

形時期が，受入検査の前又は後のいずれかであるかを，形式記号で明確に区分可能なようにすることが望

ましい。 
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a) リード線端子成型後の製品出荷  b) リード線端子成型前の製品出荷  

記号説明  

QA 品質保証システム 

－ 受入検査 

－ 製品認定試験 

－ 定期的な品質適合性検査 

－ 任意の第三者による監査と認証 

図 F.1－生産フローと品質保証との範囲の違い 

 

製
造

の
主
要

段
階

Q
A
の
適
用
範

囲
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F.1.2.2 リード線端子の成形を含む品質評価 

リード線のラジアル成形が，抵抗器の製造工程の一部とみなせる場合，すなわち，抵抗器の品質認証試

験及び品質確認試験をリード線のラジアル成形の後実施することを意図する場合，成形した抵抗器は，専

用の個別規格作成の対象となる。リード線のラジアル成形専用の個別規格には，アキシャル形状との違い

を明確に，かつ，元のアキシャル形状との類似性を推定可能な形式記号で示すことが望ましい。 

この規格では，アキシャルリード線端子の形式記号を“RA”（3 番目の文字は適用する製品技術）で始め

るため，第 2 文字を変えてラジアル形状を表してもよい。この方式による形式記号の例を，次に示す。 

RAL_ラジアル形状にリード線端子を成形した横形形状の抵抗器 
記号形状には，例えば，RALX0414 などがある。 

RAU_ラジアル形状にリード線端子を成形した縦形形状の抵抗器 
記号形状には，例えば，RAUX 0414 などがある。 

RAZ_ラジアル形状にリード線端子を成形した表面実装の抵抗器 
記号形状には，例えば，RAZX0414 などがある。 

F.1.2.3 リード形成前の品質評価 

図 F.1b)に示すように，抵抗器製造業者，サービス業者，又は部品使用者の組立工程の一部として，製品

の製造後に抵抗器のラジアル加工を実施する場合には，リード線の成型工程は，品質評価に含めない。こ

の場合の形式記号は，品質評価を実施したアキシャル形抵抗器の形式記号を用いる。 

なお，ラジアル成形品であることを明確に示すために，元のアキシャル形の形式記号に接尾語を追加し

てもよい。この方式による形式記号の例を，次に示す。 

L リード線端子をラジアル形に成形した横形の抵抗器 
記号形状には，例えば，RAX0414L などがある。 

U リード線端子をラジアル形に成形した縦形の抵抗器 
記号形状には，例えば，RAX0414 U などがある。 

Z ラジアル形状にリード線端子を成形した表面実装の抵抗器 
   記号形状には，例えば，RAX0414 Z などがある。 

F.1.3 塗装されたリード線 

片方又は両方のリード線に保護塗装（抵抗器本体に適用するのと同じ塗装，又は別の専用塗装材のいず

れか）を実施することがある。リード線の塗装は，はんだ付けを意図したリード線から十分な間隔をもた

せる。 

このような保護塗装は，この特性が同じ場合における絶縁抵抗及び耐電圧試験によって，確立されてい

ない限り絶縁であるとみなすべきではない。このような絶縁抵抗試験及び耐電圧試験は，抵抗器全般につ

いて規定され，一般に抵抗器本体に対してだけ実施される。抵抗器本体及び絶縁リード線には，同一の試

験の厳しさと性能要求が適用されるべきである。 

F.1.4 搭載高さを保持する手段 

直線のリード線をもつラジアル形状に成形した抵抗器は，プリント配線板に直接接触しやすく，搭載高
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さの基準を満たし難くするため，プリント配線板の表面実装用部品の表面よりも上の適切な高さに実装す

るための特別な方法を必要とする。 

リード線端子は，曲げ又はキンクのような方法で，部品と基板との間に意図するクリアランスをもたせ

てもよい。そのための方法は，そのアウトライン及び設計取付け高さについて適切に規定するために，個

別規格に図示する及び寸法を規定することが望ましい。 

そのような方法の効果は，プリント配線板中の実際の孔寸法に依存する。したがって，個別規格には，

孔径に関する適切な範囲を規定する必要がある。 

F.1.5 保持方法 

ラジアル形状に成形し，プリント配線板を貫通して直線のリード線の終端をもつ抵抗器は，はんだ付け

に先立って貫通したリード線の先端をクリンチする以外に，十分に固定が不可能である。 

はんだ付けに先立って，適切に部品を保持するために，キンク，ラジアル，アキシャルクリンプなどの

方法を用いる。そのための方法は，そのアウトライン及び適用制限について適切に記述するために，個別

規格に図示する及び寸法を規定することが望ましい。 

そのような方法の効果は，プリント配線板中の実際の孔寸法に依存する。したがって，個別規格には，

孔径に関する適切な範囲を規定する必要がある。 

F.2 スルーホール実装用ラジアル成形 

F.2.1 ラジアル成形した横形の抵抗器 

 

 

記号説明 
L：IEC 60294 の測定法による本体長さ。 
D：IEC 60294 の測定法による本体直径。 
S：成形したリード線の間隔。 
d：IEC 60301 による公称リード線径。 
Δs：lf min の位置で測定した場合の成形したリード線の最大間隔。 
lf：テープ包装で覆われない成形したリード線の最小開放長さ。 

図 F.2－ラジアル形状のリード端子を成形した横形の抵抗器の形状及び寸法 
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記号説明 
L：IEC 60294 の測定法による本体長さ。 
D：IEC 60294 の測定法による本体直径。 
S：成形したリード線の間隔。 
d：IEC 60301 による公称リード線径。 
Δs：lf min の位置で測定した場合の成形したリード線の最大間隔。 
lf：テープ包装で覆われない成形したリード線の最小開放長さ。 
H：抵抗体の基板上高さ。最大値は Hmax で示す。 
h：基板表面に対する抵抗器本体の高さ。 
α：高さを支持する曲げにおけるリード線の角度。 
1：取付面が回路基板表面となる。（IEC 60717 参照）。 

図 F.3－ラジアル形状にリード線端子を成形し，キンクしたリード線をもつ横型の抵抗器の形状及び寸法 
 
ラジアル形状に成形した横形の抵抗器の個別規格には，最低限，次の寸法を規定する。 
L IEC 60294 の測定法による本体長さ。最大値は Lmax で示す。 
D IEC 60294 の測定法による本体直径。最大値は Dmax で示す。 
d IEC 60301 による公称リード線径 
S 成形したリード線の間隔   

lf min テープ包装で覆われない成形したリード線の最小開放長さ 

ΔSmax lf min の位置で測定した場合の成形したリード線の最大間隔 

例えば，キンクによって，基板表面との距離を確保した抵抗器は，次の寸法を追加して規定する。 

α 高さを支持する曲げにおけるリード線の角度 

h  基板表面に対する抵抗器本体の高さ。最小値は hmin で示す。 

H  抵抗体の基板上高さ。最大値は Hmax で示す。 

図 F.2 及び図 F.3 に示す成形加工では，はんだ付けをする前はプリント配線板に保持できない。 
追加の保持手段，例えば，リード線のクリンプ又はダブルキンクを，個別規格で図示し，寸法を規定する

ことが望ましい。 

個別規格には，追加寸法及び図例を適切に含める。外形が円筒体に基づいた以外のものである場合，個

別規格には，抵抗器の適切な寸法情報を規定することが望ましい。 

ラジアル形状にリード線端子を成形した横形の抵抗器の形式形状とリード線の間隔との組合せの概略を，

表 F.1 に示す。 
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表 F.1－ラジアル形状にリード線端子を成形した横形の抵抗器の形式記号と 
リード線の間隔との可能な組合せ 

形式  
リード線間隔 S a) 

mm 

2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 

RA_0411 L －  －  －  －  （Y）  Y Y Y 

RA_0617 L －  －  －  －  －  （Y）  Y Y 

RA_0719 L －  －  －  －  －  －  （Y）  Y 

RA_0922 L －  －  －  －  －  －  －  －  

         

リード線間隔 S＞20 mm は，JIS C 0806-2 の対象外で，ラジアル形状に成形した部品の自動挿入用に適さな

い。 
記号説明 
Y：それぞれの本体形状で実現可能なリード線間隔。  
（Y）：本体径 D＜Dmax の抵抗器で潜在的に実現可能性のあるリード線間隔。 
－：形成された抵抗器として納入するには推奨されないリード線間隔。 
注記 1  表 1 に示すその他の形式は，それに応じて詳細に説明しなければならない。  
注記 2  異なるリード線間隔に形成されたリードを持つ実現可能な抵抗器に関するこの概要は，この規格の

下での既製の抵抗器の実際の利用可能性を示唆するものではない。 
注 a) 間隔 S の許容差は，+0.5 mm／-0.2 mm とする。 

 

F.2.2 体位置が直立したラジアルフォーム形式 

 

記号説明 

L：IEC 60294 の測定法による本体長さ。 
D：IEC 60294 の測定法による本体直径。 
d：IEC 60301 による公称リード線径。 
B：リード線のたわみの高さ。 
c：保護塗装の延びた長さ（直線のリード線だけ）。  
u：抵抗器本体下限と保護していないリード線とのクリアランス（適用する場合。） 
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S：成形したリード線の間隔。 
lf ：テープ包装で覆われない成形したリード線の開放長さ。 
ΔS：lf min の位置で測定した場合の成形したリード線の間隔。 
1：自由となっているリード線への保護塗装の適用は任意とする。 
基板への取付けに対して，推奨されている方法は，保護塗装の伸びた部分とはんだフィレットとの間に目視可能な

クリアランスを保つことである（IEC 61192-3 参照）。 

図 F.4–ラジアル形状に成形した縦形の抵抗器の形状及び寸法 

 

 

記号説明 

L：IEC 60294 の測定法による本体長さ。 
D：IEC 60294 の測定法による本体直径。 
d：IEC 60301 による公称リード線径。 
B：リード線のたわみの最大高さ。 
c：保護塗装の延びた長さ（直線のリード線だけ）。 
u：抵抗器本体下限と保護していないリード線とのクリアランス（適用する場合）。 
S：成形したリード線の間隔。 
lf ：テープ包装で覆われない成形したリード線の開放長さ。 
ΔS：lf min の位置で測定した場合の成形したリード線の間隔。 
H：抵抗体の基板上高さ。 
h：基板表面に対する抵抗器本体の高さ。 
1：自由となっているリード線への保護塗装の適用は任意とする。 
2：取付面が回路基板表面となる（IEC 60717 参照）。 

図 F.5–幅広間隔のラジアル形状にリード線端子を成形した縦形の抵抗器の形状及び寸法 
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記号説明 
L：IEC 60294 の測定法による本体長さ。 
D：IEC 60294 の測定法による本体直径。 
d：IEC 60301 による公称リード線径。 
B：リード線のたわみの最大高さ。 
c：保護塗装の延びた長さ（直線のリード線だけ）。  
u：抵抗器本体下限と保護していないリード線とのクリアランス（適用する場合） 
S：成形したリード線の間隔。 
lf ：テープ包装で覆われない成形したリード線の開放長さ。 
ΔS：lf min の位置で測定した場合の成形したリード線の間隔。 
H：抵抗体の基板上高さ。 
h：基板表面に対する抵抗器本体の高さ。 
1：自由となっているリード線への保護塗装の適用は任意とする。 
2：取付面が回路基板表面となる。（IEC 60717 による。）。 

図 F.6－幅広間隔のラジアル形状にリード線端子を成形し， 
キンクしたリードをもつ縦形の抵抗器の形状及び寸法 

垂直挿入実装用のラジアル形状にリード線端子を成形した抵抗器の個別規格には，最低限，次の寸法を

規定する。 

L   IEC 60294の測定法によって測定した本体長さ。最大値はLmaxで示す。 

D   IEC 60294の測定法によって測定した本体直径。最大値はDmaxで示す。 

d   IEC 60301による公称リード線径。 

Bmax  リード線のたわみの最大高さ。 

c      保護塗装の延びた長さ。  

u      抵抗器本体下限と保護していないリード線とのクリアランス（適用する場合） 

S   成形したリード線の間隔 

lf min  テープ包装で覆われない成形したリード線の最小開放長さ 

ΔSmax   lf minの位置で測定した場合の成形したリード線の最大間隔 

また，曲げ（図F.5参照）又はキンク（図F.6参照）によって，基板表面との距離を確保した抵抗器は，次
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の寸法を規定して追加する。 

h   基板表面に対する抵抗器本体の自由高さ。最小値は，hminで示す。 

図 F.4，図 F.5 及び図 F.6 に示す成形加工では，はんだ付けをする前はプリント配線板に保持されない。 
追加の保持手段，例えば，リード線のクリンプ又はダブルキンクを個別規格で図示し，寸法を規定するこ

とが望ましい。 

個別規格には，追加寸法及び図例を適切に含める。外形が円筒体に基づいた以外のものである場合，個

別規格には，抵抗器の適切な寸法情報を規定することが望ましい。 

ラジアル形状にリード線端子を成形した横形の抵抗器の形式形状とリード線の間隔との組合せの

概略を，表 F.2 に示す。  

表 F.2–ラジアルの実現可能なリード線間隔  
直立体位用成形抵抗器  

形式記号  
リード線間隔 S a) 

mm 

2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 

RA_0411 U －  Y Y Y NA NA NA NA 

RA_0414 U －  （Y）  Y Y NA NA NA NA 

RA_0717 U －  －  Y Y Y NA NA NA 

RA_0723 U －  －  Y Y Y NA NA NA 

RA_1026 U －  －  Y Y Y NA NA NA 

RA_1140 U －  －  －  （Y）  Y Y Y NA 

RA_1155 U －  －  －  （Y）  Y Y Y NA 

リード線間隔 S＞20 mm は，JIS C 0806-2 の対象外で，ラジアル形状に成形した部品の自動挿入用に適さな

い。 
記号説明 

Y：それぞれの本体形状で実現可能なリード線間隔 
（Y）：本体径 D＜Dmax の抵抗器で潜在的に実現可能性のあるリード線間隔 
－：ラジアル形状に成形した抵抗器として供給することを推奨しないリード線間隔 
注記 異なる間隔に形成されたリード線をもつ実現可能な抵抗器に関するこの概要は，この規格の下での既

製の抵抗器の実際の利用可能性を示唆するものではない。 
注 a) 間隔 S の許容差は，＋0.5 mm／－0.2 mm とする。 

 

F.3 ラジアル形状にリード線端子を成形した表面実装形の抵抗器の形式 
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記号説明 
L：IEC 60294 の測定法による本体長さ。 

D：IEC 60294 の測定法による本体直径。 

d：IEC 60301 による公称リード線径。 

G：リード線が形成された抵抗器の全長。 

F：形成されたリード線の各基端部の長さ 

h：基板表面に対する抵抗器本体高さ。 

H：抵抗体の基板上高さ。 

1：取付け面が，回路基板表面に相当する（IEC 60717 参照） 
2：リード線端部 

図 F.7－ラジアル形状にリード線端子を成形した表面実装形の抵抗器の形状及び寸法（Z 曲げ） 

表面実装用のラジアル形状に成形した抵抗器（Z 曲げ）の仕様は，図 F.7 に基づき，次に示す最低限以下

の寸法を規定する必要がある。 

L   IEC 60294 の測定法による本体長さ。最大値は Lmax で示す。 

D   IEC 60294 の測定法による本体直径。最大値は Dmax で示す。 

d   IEC 60301 による公称リード線径。 

G    リード線が形成された抵抗器の全長。最大値は Gmax で示す。 

F   形成されたリード線の各基端部の長さ 

h   基板表面に対する抵抗器本体高さ。最小値は hmin で示す。 

H      抵抗体の基板上高さ。最大値は Hmax で示す。 

リード線基端部の平坦度は，例えば，最大許容アライメント誤差 0.5 mm で規定する。 

両リード線の基端部は，平行で，かつ，抵抗器の長手方向の軸と直角になるように形成し，組立工程で

安定した位置決めが可能なようにする。 

個別規格には，追加寸法及び図例を適切に含める。外形が円筒体に基づいた以外のものである場合，個

別規格には，抵抗器の適切な寸法情報を規定することが望ましい。 
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記号説明 
a：はんだランドの長さ 
b：はんだランドの幅 
g：ランドの間隔 

図 F.8－表面実装形のランドパターン寸法  

 

表面実装工程では、基板表面の銅箔ランド（ランドパターン）に，リード線端子をはんだ付けする。そ

のため，形成された抵抗器をはんだペーストのランドに配置する前に，ランドパターン上にはんだペース

トの層を印刷する。このとき，はんだペーストの粘着力によって，リフローはんだ付け時に抵抗器の位置

が安定し，一対のはんだ接合部が形成される。このタイプのラジアル形抵抗器は，通常，その位置を固定

するための他の手段を提供しない。 

表面実装用のラジアル形状に成形した抵抗器の仕様は，図 F.8 に基づき，次に示す適切なランドパター

ンの寸法を規定する必要がある。 

F.4 包装 

F.4.1 スルーホール実装用に形成された抵抗器の包装 

リード線端子を成形された抵抗器は，袋詰め又は，自動装置のために JIS C 0806-2 の規定によるテーピ

ングで供給する。 

テーピング包装を適用する場合，個別規格には詳細について図示し，JIS C 0806-2 に基づいて，最低限，

次の寸法を規定する。 

W     キャリアテープ幅 

P0        送り穴の間隔 

P      リード線端子を成形した抵抗器の相互の間隔 

H      抵抗器本体の底面とスプロケット穴の中心線との間の距離 

H0     リード線端子を成形した抵抗器の取付け面と送り穴の中心線との間の距離 

H1     曲げたリード線を含む成形した抵抗器の上面と送り穴の中心線との間の距離 

F.4.2 表面実装用にリード線端子を成形した抵抗器の包装 

F.3 に示す抵抗器は，JIS C 0806-3 の規定に従って自動処理するためにテープ状で納入することが可能で

あり，一般的にはタイプ 2a 又はタイプ 3 のエンボスキャリアテープで納入する。袋詰めでの納入は，リー

ド線の変形，特にリード線基端部の平坦度に影響を及ぼす可能性が高いため，推奨しない。 



104 
C 5201-4：0000 (IEC 60115-4：2022) 

 著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

エンボステーピング包装を適用する場合，個別規格には詳細について図示し，JIS C 0806-3 に基づいて，

最低限，次の寸法を規定する。 

W      キャリアテープ幅 

P0     スプロケット穴の間隔 

P1     部品ポケットの間隔 

部品は無極性であるため，包装された抵抗器の方向は規定しない。 

F.5 品質評価 

F.5.1 一般 

リード線端子を成形した抵抗器の品質評価は，成形していない類似のアキシャル形状の抵抗器に対して

規定する品質評価の原則，手順，方法，計画及び要求事項に基づくことが望ましい。 

F.5.2 成形抵抗器の品質評価 

リード線端子の成形が抵抗器の製造工程の一部である場合，完成品で実施する品質認証及び品質確認試

験は，その成形工程によって抵抗器が受けた特性及び信頼性への影響が含まれる。 

この場合，個別規格には，リード線端子を成形した抵抗器に関する全ての規定，リード線端子を成形し

た抵抗器の図示及び寸法，全ての関連特性，定格及び試験の厳しさ並びに適切な品質評価手順の規定が必

要である。 

このような個別規格の品質評価手順は，初期の抵抗器の品質認証試験及び品質確認試験を用いることが

望ましく，それらはこの規格の規定に基づき，個別規格に規定がある場合，F.5.4 に記載する保護塗装及び

／又は絶縁被覆したリード線に適切な試験で捕捉する。試験の適用範囲は，アキシャルリード線端子付き

抵抗器の規定に対して同等以上とすることが望ましい。また，試験の厳しさ及び要求性能は，アキシャル

リード線端子付き抵抗器の規定に対しても同等以上とすることが望ましい。 

F.5.3  品質評価済の抵抗器のリード線端子成型 

抵抗器の製造後にリード線端子の成形処理をする場合，部品製造業者による抵抗器の品質評価だけでな

く，部品使用者の組立工程の一部としての抵抗器の品質評価にも，その成型工程を含めない。 

曲げ加工の工程が抵抗器の特性及び信頼性に影響する可能性があることを理解することが望ましい。し

たがって，アキシャルリード端子付き抵抗器でリード線端子の成形工程を規定するいかなる個別規格にも，

品質評価の適用範囲に制限があることを規定することが望ましい。 

F.5.4  特別検査要求 

F.5.4.1 成形したリード線端子の外観検査 

JIS C 5201-1:2021，9.1 による目視検査は，抵抗器についてこの試験が規定されている場合，抵抗器本体

に加えて，絶縁リード線にも適用することが望ましい。 

次のうちのいずれかが観察された場合，合格としないことが望ましい。 

－ 規格以上のリード線のキンク 
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－ リード線のクラック 

－ リード線上に発生した公称線径の 10 %以上の穴又はへこみ 

リード線が保護塗装又は絶縁されている場合，次の事項が観察されたとき，合格としないことが望まし

い。 

－ 塗装のクラック 

－ 塗装のめくれ又は脱落 

－ 塗装中のボイド 

F.5.4.2 絶縁したリード線に対する絶縁抵抗 

抵抗器本体に適用する保護塗装の試験に加えて，絶縁したリード線にも，JIS C 5201-1:2021 の 12.1 によ

る絶縁抵抗試験を適用することが望ましい。 

抵抗器本体は，V ブロック法を規定しているが，絶縁したリード線の絶縁抵抗試験には，JIS C 5201-
1:2021 の 12.1.3.3 を適用する。金属はく（箔）でリード線の全ての塗装部分を包むことが望ましく，金属

はく（箔）の端部とリード線の絶縁していない部分との間は 1 mm～1.5 mm の間隔をあけることが望まし

い。 

抵抗器本体の絶縁抵抗試験に対して規定する合否判定基準と同じ基準を，絶縁したリード線の絶縁抵抗

試験にも適用することが望ましい。 

注記  3.1.1 参照 

F.5.4.3 絶縁したリード線に対する耐電圧 

抵抗器本体に適用する保護塗装の試験に加えて，絶縁したリード線にも，JIS C 5201-1:2021 の 12.2 によ

る絶縁抵抗試験を適用することが望ましい。 

抵抗器本体は，V ブロック法を規定しているが，絶縁したリード線の絶縁抵抗試験には，JIS C 5201-
1:2021 の 12.1.3.3 を適用する。金属はく（箔）でリード線の全ての塗装部分を包むことが望ましく，金属

はく（箔）の端部とリード線の絶縁していない部分との間は 1 mm～1.5 mm の間隔をあけることが望まし

い。 

抵抗器本体の耐電圧試験に対して規定する合否判定基準と同じ基準を，絶縁したリード線の耐電圧試験

にも適用することが望ましい。 

注記 3.1.1 参照 
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附属書 X 
（参考） 

この規格と旧規格との対照表 

この規格の改正により，条項番号及び図と表の番号が変更された。表 X.1 は，この規格と旧規格とを比

較した箇条番号の相互の対照表を示している。表 X.2 は，この規格と旧規格とを比較した図の相互参照表

を提供し，表 X.3 は，この規格と旧規格とを比較した表番号の相互の対照表を提供している。 

表 X.1－箇条番号の対照表 

この規格 旧規格 
（JIS C 5201-4：1998） 

注記 

箇条 1（適用範囲） 1.1  
箇条 1（適用範囲） 1.2  
箇条 2（引用規格） 1.3  
箇条 8（個別規格） 1.4  
4.2（推奨される形状，形式及び寸法） 1.4.1  
5.2（供試品の準備） 1.4.2  
4.2（推奨される形状，形式及び寸法） 1.4.3  
箇条 4（推奨特性） 1.4.4  
4.4（抵抗値） 
4.5（抵抗値の許容差） 
4.6（定格電力 Pr） 

1.4.4.1  

7.1（製品の表示） 1.4.5  
4.3（推奨耐候性カテゴリ） 2.1.1  
6.3（TCR） 2.1.2  
6.2（抵抗値変化の限界） 2.1.3  
4.4（公称抵抗値） 2.2.1  
4.5（公称抵抗値の許容差） 2.2.2  
4.6（定格電力 Pr） 2.2.3  
4.7（素子最高電圧 Umax） 2.2.4  
4.9（絶縁抵抗値 Uins） 2.2.5  
4.8（絶縁抵抗値 Rins） 2.2.6  
5.2.1（乾燥） 2.3.1  
5.3.17（振動） 2.3.2  
5.3.20.5（減圧） 2.3.3  
5.3.7（短時間過負荷） 2.3.4  
5.3.13（抵抗体強度） 2.3.5  
5.3.15（バンプ） 2.3.6  
5.3.16（衝撃） 2.3.7  
9.2.2（構造的に類似した部品） 3.1  
9.5（品質認証（QA）の手順） 3.2  
 3.2.1  
9.5.3（品質適合性検査） 3.2.2  
9.3（検査ロットの形成） 3.3.1 固定サンプルサイズ手順 
9.5.3（品質適合性検査） 3.3.2 試験計画 
9.2.3（評価水準 EZ） 3.3.3  
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表 X.2－図の参照表 
 

この規格 旧規格 
（JIS C 5201-4：1998） 

注記 

図 14（MET＞UCT の一般的な負荷軽減曲

線） 
図 15（高電力抵抗器（巻線抵抗器）の一般

的な負荷軽減曲線） 

2.2.3 負荷軽減曲線 

JIS C 5201-4:1998 は，情報のための図番号はない。細分箇条番号を記載する。 
 

表 X.3－表の対照表 

この規格 旧規格 
（JIS C 5201-4：1998） 

注記 

表 8（TCR による抵抗の変化） 表 I 負荷軽減曲線 
表 7（抵抗値変化の限界） 表 II  
表 9（高電力抵抗器の資格認定のための試験

計画） 
表 III  
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参考文献 
JIS C 0806-2 自動実装部品の包装－第 2 部：ラジアルリード線端子部品の連続テープによる包装 

注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60286-2，Packaging of components for automatic handling 
– Part 2: Packing of components with unidirectional leads on continuous tapes 

JIS C 0806-3 自動実装部品の包装－第 3 部：表面実装部品の連続テープによる包装 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60286-3，Packaging of components for automatic handling
－Part 3:Packaging of surface mount components on continuous tapes 

JIS C 5201-8 電子機器用固定抵抗器－第 8 部：品種別通則：表面実装用固定抵抗器 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60115-8，Fixed resistors for use in electronic equipment – 

Part 8: Sectional specification – Fixed surface mount resistors 

JIS C 60068-2-13 環境試験方法（電気・電子）減圧試験方法 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-13，Environmental testing – Part 2-13: Tests – Test 

M: Low air pressure 

JIS C 60068-2-14 環境試験方法－電気・電子－第 2-14 部：温度変化試験方法（試験記号：N） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-14，Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test 

N: Change of temperature  
JIS C 60068-2-21 環境試験方法－電気・電子－第 2-21 部：試験－試験 U：端子強度試験方法 

注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-21，Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test 
U: Robustness of terminations and integral mounting devices 

JIS C 60068-2-30 環境試験方法（電気・電子）第 2-30 部温湿度サイクル（12＋12 時間サイクル）試

験方法（試験記号：Db） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-30，Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test 

Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) 

JIS C 60068-2-45 環境試験方法－電気・電子－耐溶剤性（洗浄溶剤浸せき）試験方法 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-45，Environmental testing – Part 2-45: Tests – Test 

XA and guidance: Immersion in cleaning solvents 

JIS C 60068-2-67 環境試験方法－電気・電子－基本的に構成部品を対象とした高温高湿，定常状態の

促進試験 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-67：1995，Environmental testing – Part 2-67: Tests 

– Test Cy: Damp heat, steady 

JIS C 60068-2-78 環境試験方法－電気・電子－第 2-78 部：高温高湿（定常）試験方法（試験記号：

Cab） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-78，Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test 

Cab: Damp heat, steady stat 

JIS C 60695-11-5 耐火性試験－電気・電子－第 11-5 部：試験炎－ニードルフレーム（注射針バーナ）

試験方法－装置，試験炎確認試験装置の配置及び指針 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60695-11-5，Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – 

Needle-flame test method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance 
JIS C 61191-1 プリント配線板実装－第 1 部：通則－表面実装及び関連する実装技術を用いた電気機

器・電子機器用はんだ付け実装要求事項 
注記 対応国際規格による参考文献： IEC 61191-1，Printed board assemblies – Part 1: Generic 

specification – Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and 
related assembly technologies 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

JIS C 61191-3 プリント配線板実装－第 3 部：部門規格－挿入実装はんだ付け要求事項 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 61191-3，Printed board assemblies – Part 3: Sectional 

specification – Requirements for through-hole mount soldered assemblies 

JIS C 61340-3-1 静電気－第 3-1 部：静電気の影響をシミュレーションする方法－人体モデル（HBM）

の静電気放電試験波形 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 61340-3-1，Methods for simulation of electrostatic effects 

– Human body model (HBM) – Component testing 

JIS Z 8601 標準数 
注記 対応国際規格における参考文献：ISO 3，Preferred numbers－Series of preferred numbers 

JIS Z 8000（規格群） 量及び単位 
注記 対応国際規格における参考文献：ISO 80000 (all parts)，Quantities and units 

IEC 60440:2012，Method of measurement of non-linearity in resistors 

IEC 60717，Method for the determination of the space required by capacitors and resistors with unidirectional 
terminations 

IEC 61192-3，Workmanship requirements for soldered electronic assemblies – Part 3: Through-hole mount 
assemblies 

IEC 61760-1:2020，Surface mounting technology – Part 1: Standard method for the specification of surface 
mounting components (SMDs) 

IEC QC 001002-3:2005，IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Rules of 
procedure – Part 3: Approval procedures 

IECQ 03-3，IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Rules of Procedure – Part 3: 
IECQ Approved Component Products, Related Materials & Assemblies Scheme 

IECQ 03-3-1，IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) – Rules of Procedure – Part 
3-1: IECQ Approved Component Products, Related Materials & Assemblies Scheme, IECQ Approved 
Component – Technology Certification (IECQ AC-TC) 

ISO 17:1973，Guide to the use of preferred numbers and of series of preferred numbers 

ISO 497，Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of 
preferred numbers 

ISO 2533，Standard atmosphere 




